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Sicherheitshinweise:
Bitte beachten sie folgende Hinweise: A

e Lassen Sie das Gerat im Betriebszustand niemals unbeaufsichtigt.

o Wird das Gerat nicht verwendet, lassen sie es nicht an der Spannungsversorgung
angeschlossen.

¢ Wenn eine ungewdhnliche Geruchsentwicklung oder Hitzeentwicklung am Gerat festzustellen
ist, schalten sie das Geréat sofort aus.

e Die Linearregler (7805, 7905) kdnnen je nach Belastung bei langerem Betrieb heild werden. Eine
Uberlastung kann zu einer GibermaRigen Erhitzung der Linearregler fiihren.

e Stellen Sie sicher, dass das Gerat an einem Ort aullerhalb der Reichweite von direkten
Warmequellen, offenen Flammen und brennbaren Materialien und Flissigkeiten aufgestellt wird.
Das Gerat ist fur den Betrieb bei Raumtemperatur vorgesehen.

o Das Gerat ist fur den USB-Betrieb und einer stabilisierten Versorgungsspannung von maximal
9V vorgesehen. Verwenden Sie nur geprifte und geeignete Netzteile zur Stromversorgung.
Achten Sie darauf, dass die Spannungsquelle den Anforderungen entspricht.

o Komponenten dirfen ausschlieRlich im Rahmen der angegebenen Spannungs- und Stromwerte
getestet werden. Die Grenzen des Produkts sind im entsprechenden Datenblatt aufgefihrt.

e Achten Sie darauf, dass keine leitenden Objekte die Platine beriihren bzw. Kurzschlisse
verursachen.

e Das Produkt ist empfindlich gegentiber elektrostatischer Entladung (ESD), die elektronische
Komponenten beschadigen oder zerstéren kann.

Der Tester ist fur technisch versierte Nutzer wie Elektroniker, Ingenieure, Entwickler und Studenten
bestimmt, die Speicher und Logikkomponenten testen méchten. Es ist nicht flr die Verwendung als
fertiges Verbraucherprodukt vorgesehen. Das Produkt ist nicht fur industrielle Anwendungen oder
sicherheitsrelevante Zwecke geeignet. Die Verwendung in Verbindung mit Medizingeraten oder in der
Luft- und Raumfahrt ist ebenfalls nicht zulassig.

Der Speichertester wurde bereits mehrfach aufgebaut und funktioniert beim Entwickler. Das heil3t aber
nicht unbedingt, dass das automatisch auch bei einem Nachbau der Fall ist. Das Dokument soll helfen
den Aufbau und die Funktionswiese zu erklaren und gibt Hinweise, wie der Speichertester nachgebaut
werden kann. Es werden oft zusatzliche, technische Informationen gegeben. Nicht alles ist fir das
Verstandnis unbedingt notwendig. Bei Problemen kénnen diese aber hilfreich sein.

Wer den Tester nachbaut, der ist selbst flr die richtige Auswahl der Bauteile und den Aufbau
verantwortlich. Eine Garantie fur eine korrekte Funktion wird nicht gegeben. Es wird keine Haftung daflr
Ubernommen, wenn beteiligte Gerate durch den Einsatz des Speichertesters Schaden nehmen. In dem
Zusammenhang bitte unbedingt auch die Warnhinweise im Abschnitt 6 beachten.

Einige Abschnitte sind mit einem ,DANGER" gekennzeichnet. Das heil3t jetzt

nicht wirklich, dass der Inhalt ,gefahrlich® ist, sondern, dass hier der Tester [J

beschadigt werden kann.

Warnhinweise sind entsprechend gekennzeichnet. A
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Urheberrecht und Gewahrleistung
© Soft- und Hardware: Stephan Slabihoud, 8Bit-Museum.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs, einschliel3lich der darin beschriebenen Produkte
und Software, darf ohne ausdruckliche schriftiche Genehmigung des Entwicklers in irgendeiner Form
oder auf irgendeine Weise reproduziert, Ubertragen oder kommerziell verwendet werden.

Die RCT-Leiterplatte (bestiickt mit dem ATmega2560 oder unbestickt ohne Bauteile (,Blank Board®)),
die Firmware und alle zusatzlichen Leiterplatten (z. B. Adapterboards) werden im Folgenden als
,Produkte“ bezeichnet.

Die Verwendung der Hard- und Software geschieht auf eigene Gefahr. Es wird keine Haftung fir etwaige
Schaden ibernommen, die beim Einsatz der vorliegenden Soft- und Hardware entstehen koénnten. Es
wird keine Gewahrleistung fir die korrekte Funktionsfahigkeit der bereitgestellten Funktionen
ubernommen. Es besteht auch kein Anspruch auf eine Fehlerbehebung, auch wenn der Entwickler
bemunht ist Fehler schnellstmoglich zu beseitigen.

Wenn die Produkte aulRerhalb der EU gekauft werden, gilt diese Gewahrleistung fir ein Jahr ab
Verkaufsdatum. Wenn die Produkte in der EU gekauft werden, gilt die Gewahrleistung zwei Jahre ab
Verkaufsdatum. Alle Komponenten, die vom Benutzer dazugekauft werden missen, um ein
funktionierendes RCT zu bauen, sind nicht von dieser Gewahrleistung abgedeckt. Ebenso wird keine
Gewahrleistung fir ein fertig montiertes RCT Gbernommen, mit Ausnahme der gelieferten Leiterplatten.

Der Entwickler haftet nicht fur Mangel, die durch Nichteinhaltung von Vorgaben, Missbrauch oder
falsche Bedienung durch den Benutzer verursacht wurden, einschlieBlich unsachgemalRer Installation
oder Prifungen oder wenn das Produkt in irgendeiner Weise geadndert oder modifiziert wurde. Diese
eingeschrankte Gewahrleistung ist das einzige und ausschlieRliche Rechtsmittel des Endbenutzers
gegenltber dem Entwickler, sofern gesetzlich zuldssig. Die Produkte werden ,wie besehen“ und ,mit
allen Fehlern® bereitgestellt. Der Entwickler lehnt alle anderen ausdricklichen oder stillschweigenden
Gewahrleistungen der Marktgangigkeit fur einen bestimmten Zweck ab.

Die Produkte wurden entwickelt, um unterstitzte ICs in alten Heimcomputern, Synthesizern, Arcade-
und Flipperautomaten zu testen. Es ist nur die nicht-kommerzielle Nutzung im privaten Kontext
vorgesehen. Die Produkte sind nicht fur die Verwendung an sicherheitskritischen Stellen zugelassen, in
denen bereits erwartet werden kann, dass ein Versagen des Produkts schwere Verletzungen oder den
Tod in irgendeiner Form verursacht. Der Benutzer erkennt an und stimmt zu, dass jede andere
Verwendung dieser Produkte ausschlieB3lich auf Risiko des Benutzers erfolgt und dass der Benutzer
allein fur die Einhaltung aller gesetzlichen und behérdlichen Anforderungen in Verbindung mit einer
solchen Verwendung verantwortlich ist.

Verzicht auf Folgeschaden. In keinem Fall haftet der Entwickler gegentiber dem Benutzer oder Dritten
fur besondere, begleitende, indirekte, strafbare, zufallige Folgeschaden oder Schadensersatz im
Zusammenhang mit oder aus den hier bereitgestellten Produkten, unabhangig davon, ob der Entwickler
auf die Mdglichkeit solcher Schaden hingewiesen hatte oder nicht. Dieser Abschnitt gilt auch nach
Ablauf der Gewahrleistungsfrist.
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1 Allgemeines zum Retro Chip Tester Professional

Wer den Tester aufbaut, sollte sich zuerst einen Uberblick (iber die inzwischen recht umfangreiche
Dokumentation verschaffen.

DE-1 - Aufbau, Programmierung und Fehlersuche

Das Dokument beschreibt Aufbau, Programmierung und Fehlersuche.
Hierzu gibt es weitere Dateien:

e Ordner ,Programming Step 1 - Set Fuses”
e Ordner ,Programming Step 2 - Flash Firmware*

Es ist alles vorhanden, um den ATmega zu programmieren. Es ist i.d.R. nicht notwendig weitere
Software auf dem Internet zu laden.

DE-2 — Anwenderhandbuch

Das Dokument beschreibt die Anwendung des RCT.
Es befinden sich weiterhin

e CRC32-Listen (zur Identifizierung von ROMSs),
e Eigene IC-Definitionen (zur Definition sehr spezieller ICs),
e Vergleichslisten (damit die richtigen Testeinstellungen verwendet werden)

in den Unterordnern, in denen dieses Dokument gespeichert ist.

DE-3 - Stuckliste (BOM)

Das Dokument (nicht éffentlich verflgbar) enthalt eine Ubersicht der bendtigten Bauteile und Links auf
vorbereitete Warenkoérbe. Im selben Verzeichnis befinden sich auch Bauteillisten fur Reichelt Elektronik
und Digikey. Weiterhin sind dort interaktive Bestuckungslayouts vorhanden.
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1.1 Ubersicht

Der Retro Chip Tester Pro wurde entwickelt, um ,alte“ Speicherchips aus den 1970er und 1980er Jahren
testen zu kdnnen, die von heutigen Programmiergeraten oft nicht mehr erkannt werden.

Zu den unterstitzten Speicherchips gehdren u.a. (zzgl. alle Pin-kompatible Typen):

SRAMs (Beispiele)
GroRe Chips (Beispiele)

4x4 74170, 74670

4x8 TC4036, TC4039

8x2 74172

16x1 7481 / 7484 (mit Adapter)

16x4 3101, 7489, 74189, 74219
16x9 74F211, 7T4AF311
16x12 74F213, 74F313
32x8 7415218, 74L.S318
64x1 4505
64x4 74C910
64x9 82S09, 93419
128x8 6810
256x1 8216, 2116, 8217, 2700, 2701, 3106, 3107, 93410, 1101
256x4 2101A, 2111, 2112A, 74920, 74921, 6561
256x8 81C50, 81C51, 81C52, GTE3539, 8155, 8156
256x9 825810, 82512
512x4 D2113
512x8 81C54
1k x 1 2102, 8102, 2115, 2511
1k x 4 2114, 2148, 2149, 4045, 5114, 6514, C214, U224
1k x 4 6550
1k x 8 4118, 4801, 8185
2k x 1 HM6303H/L
2k x 8 2016, 2416, 4016, 4802, 4812, 6116, 6512, TC5516
4k x 1 2147, MK4104
4k x 4 7C168, 6168, 5416, PAC168, PAC169
8k x 8 2064, 2464, 6264, 2465
8k x9 P4C163
16k x 1 8167, 6267, 6167, 2167, PAC167
16k x 4 P4C188, PAC198
32k x 8 20256, 61256, 62256, 71256, 43256, 43257
32k x 9 CY7C188
64k x 1 P4C187
64k x 4 P4C1258, P4C1281, P4C1298
64k x 8 61512, 24512
128k x 8 | 621024, 431000, P4C1023, 6173081, 638100, 63C1024
128k x 9 CY7C1088
256k x 1 P4C1257
256k x 4 P4C1026
512k x 8 | AS6C4008, P4C1048, F7447APC
1024k x 1 | P4C107
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FIFO RAMs (Beispiele)

GroRe Chips (Beispiele)

16 x 4 40105, 74LS222, 7418224, 74L.S227, 74L.S228, 74L.S232
16 x5 748225, 74L.S229, 74L.S233

64 x 4 7418234, 74L.S236, 74F413, 74HC7403
64 x5 74L.S235
256 x 9 7200, 7400 PLCC
512x9 7201, 7401 PLCC

1k x 9 7202, 7402 PLCC

2k x9 7203, 7403 PLCC

4k x 9 7204, 7404 PLCC

NOVRAMSs (Beispiele)
GroRe Chips (Beispiele)
64 x 4 X22C10
256 x 4 X22C12
512x 8 X20C04, X20C05
2k x 8 X20C16, X20C17

DRAMs (Beispiele)
GroRe Chips (Beispiele)
1k x 1 MK4008
4k x 1 2104A, MK4015, MK4027, 7027, 2107
8k x 1 4108-x0/x1, MK4115-x0/x1, 2108H/L, 5298A/B
8k x4 4408NLT/NLB
16k x 1 4116, 2117, 6116, 8116, 416, 2116, 3716, U256
16k x 1 2118, K565RU6
16k x 4 4416, 2620
32k x 1 3732H (4532-L4), 3732L (4532-L3)
2x 16k x 1 | 4132 (Modul 1, Modul 2), MK4332 (Modul 1, Modul 2)
64k x 1 4164, 2600, K565RU5, 8264, 3764
64k x 4 4464, 41464, 50464
2x 64k x 1 | 41128 (Top Module, Bottom Module)
256k x 1 41256, 53256, 81256, MT1259
256k x 4 | 44256, 514256
1024k x 1 | 41024, 411000
1024k x 4 | 44400, 514400
256k x 8 | 256 kB SIMM / SIPP (30-pol.)
256k x 1 256 kB SIMM / SIPP (30-pol.) nur Parity
1024k x 8 | 1024 kB SIMM / SIPP (30-pol.)
1024k x 1 | 1024 kB SIMM / SIPP (30-pol.) nur Parity
64k x 4 ZIP 20
256k x 1 ZIP 16
256k x4 | ZIP 20
1024k x1 | ZIP 20
1024k x4 | ZIP 20
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ROMs / PROMs / EPROMs (Beispiele)
Typ Chips (Beispiele)
2k x 8 6540
(P)ROM 2308, 2316A, 2316B, 2332, 2364, 23128, 23256, 23512,
231000/231001, 232000, 234000, RO-3-2513, 6670, 2513
(with adapter)
EPROMs | 2704, 2708, 2716, TMS2716, 2732, 2764, 27128, 27256,
27512, 271001, 272001, 274001, 1702 (with adapter),
4204/5204 (with adapter), TMS2716, TMS2564,
CDP18U42
Coe4 2x 8k Cartridges

VC20 8k bis 64k Cartridges

VCS/2600 | 2k, 4k, 8k, (16k) Cartridges

bipolare ROMs / PROMs (Beispiele)

Typ Chips (Beispiele)

32x8 7488, 74188, 74288

256 x 4 74187, 74287, 74387

256 x 8 748271, 74S371, 74S470, 74S471

512 x 4 748270, 74S370, 74S570, 74S571

512x 8 748472, TASAT73, 74S474, 74S475
1k x 4 74S476, 74S477, T4S572, 74S573
1k x 8 748478, 745479

2k x 4 825184, 825185

2k x 8 828190, 825191

4k x 4 825195

4k x 8 825321

8k x8 82S641
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Logic Chips

Type Chips

74xxx 7400, 01, 01(H), 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44,45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51(LS), 52, 53, 53(H), 54,
54(H), 54(LS), 55(H), 55(LS), 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64,
65, 68, 69, 70, 71(H), 71(L), 72, 73, 74, 75, 76, 76(LS),
77, 78(H), 78(L), 78(LS), 79, 80, 82, 83, 85, 85(C), 86,
86(L), 87, 90, 91, 92, 93, 93(C), 93(L), 94, 95, 95(C),
95(L), 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
107, 107(LS), 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 130
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177,178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 210, 221, 230,
231, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 251, 253, 155, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
265, 266, 269, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 283, 284,
285, 286, 290, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 310, 322,
323, 347, 340, 341, 344, 348, 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 373, 374,
375, 376, 377, 378, 379, 381, 381(F), 382, 382(F), 384,
385, 386, 388, 390, 393, 395, 396, 398, 399, 405(S), 412,
416(S), 422, 423, 425, 426, 432, 436, 437, 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 456, 461, 465, 466
467, 468, 490, 491, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 526,
527, 528, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541,
543, 544, 545, 546, 547, 547(F), 548(F), 560, 561, 563,
564, 566, 567, 568, 569, 573(LS), 574, 575, 576, 577,
579, 580, 583, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595,
596, 597, 598, 599, 604, 605, 606, 607, 620, 621, 622,
623, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647,
648, 649, 651, 652, 653, 654, 657, 666, 667, 668, 669,
671, 672, 673,674, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683,
684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 696,
697, 698, 699, 720, 721, 740, 741, 744, 748, 756, 757,
758, 759, 760, 762, 763, 779, 793, 794, 795, 796, 797,
798, 800, 802, 804, 805, 808, 810, 821, 822, 823, 824,
825, 826, 827, 828, 832, 841, 842, 843, 844, 845, 846,
848, 850, 851, 857, 861, 862, 863, 864, 866, 867, 869,
873, 874, 876, 878, 879, 880, 881, 885, 900(ALS),
901(C), 902(ALS), 902(C), 903(ALS), 903(C), 904(C),
906(C), 914(C), 915(C), 940, 941, 990, 991, 992, 993,
994, 995, 996, 2540, 2541, 3037, 7001, 7002, 7014,
7032, 7266, 8541, 9034, 9035, 9114, 9115, 9134, 9135,
9240, 9244, 9245

75XxXx 75121, 75122, 75123, 75124, 75125, 75127, 75138,
75140, 75154, 75160, 75172, 75173, 75189, 75361(,
75361, 75450, 75451, 75452, 75453, 75454, 75460,
75461, 75462, 75463, 75464, 75466, 75467, 75468,
75469, 75470, 75471, 75472, 75473, 75474, 75491,
75492, 75494, 75497, 75498
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Logic Chips

Type Chips
4XxX 4000, 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
75,76,77,78, 81, 82, 85, 86, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
014, 032, 097, 098, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109,
110, 116, 147, 160, 161, 162, 163, 174, 175, 192, 193,
194, 240, 244, 245, 257, 373, 374, 511, 4316, 4428
45xx 4501, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 43, 51, 55,
56, 58, 60, 61, 72, 74, 84, 85, 98, 4723, 4724, 4929,
4930, 4931, 4934, 4935, 49700, 49701, 49702, 49703,
49704, 49705, 49710, 49711, 49713, 49714, 49805
DDR 000, 002, 003, 004, 008, 010, 011, 014, 020, 021, 030,
DLxx 032, 037, 038, 040, 051, 074, 086, 090, 093, 112, 123,
132, 155, 164, 175, 192, 193, 194, 251, 253, 257, 259,
374, 540, 541, 299
UdSSR AP3, AP4, AP5, AP6, AP9, AP10(K1102), AP10,
153-555 AP11P6(K1102), AP12P6(K1102), AP13P6(K1102),
AP14P6(K1102), AP14, AP15, AP16, AP17, AP24, AP26,
ID1, ID3, ID4, ID5, ID6, ID7, ID10, ID14, ID18, ID22, ID24,
IE1, IE2, IE4, IE5, IE6, IE7, IES, IE9, IE10, IE11, IE12,
IE13, IE14, IE15, IE16, IE17, IE18, IE19, IE20, IK2, IM1,
IM2, IM3, IM5, IM8, IM7, IP1(KR559), IP2(KR559), IP2,
IP3, IP4, IP5, IP6, IP7, IP8, IP9, IR1, IR2, IR5, IR8, IR9,
IR10, IR11, IR12, IR13, IR15, IR16, IR22, IR23, IR24,
IR25, IR27, IR28, IR29, IR30, IR33, IR34, IR35, IR37,
IR38, IR40, IR41, IR42, IR43, IR52, IV1, IV2, IV3, KP1,
KP2, KP5, KP7, KP11, KP12, KP13, KP14, KP15, KP16,
KP17, KP18, KP19, KP20, KT1(K1010), LA1, LA2, LA3,
LA4, LAG, LA7, LA8, LA9, LA10, LA11, LA12, LA13,
LA16, LA18P6(K1102), LA19, LD1, LE1, LE2, LES3, LE4,
LE5, LE6, LE7, LES, LE11, LI1, LI2, LI3, LI4,
LI5SP6(K1102), LI6, LI7, LI9, LL1, LL2P6(K1102), LL3,
LN1, LN2, LN3, LN4, LN5, LN6, LN7, LP5, LP8, LP9,
LP10, LP11,LP12, LP13, LP14, LR1, LR3, LR4, LR9,
LR10, LR11, LR13, PP4, PR6, PR7, SP1, SP2, TL1, TL2,
TL3, TM2, TM5, TM7, TM8, TM9, TM10, TR2, TV1, TVS,
TV9, TV10, TV11, TV15
UdSSR ID1, ID6, ID7, ID23, |IE4, IE5, IES, IE9, IE10, IE11, IE14,
561 IE16, IE19, IE20, IE21, IM1, IP2, IP6, IR2, IR6, IR9, IR14,
CMOS KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KT1, KT3, LA7, LA8, LA9,
LA10, LE5, LEG, LE10, LI2, LN1, LN2, LN3, LP1, LP2,
LP4, LP14, LS2, PR1, PU2, PU3, PU4, PU6, PU7, PU9,
SA1, TL1, TM2, TM3, TR2, TV1, UM1
Misc DIS1417, DL1414, DL2416Rev1, HP730x, HP7340,
TIL306/307, TIL308/309, TIL311, VQB76,
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Logic Chips

Type Chips
Misc Logic | 3404, 6529 MOS, 7707 MOS, 7708 MOS, 7709 MOS,

1 7711 MOS, 7712 MOS, 7713 MOS, 7714 MOS, 7715
MQOS, 8708 MOS, 8713 MOS, 8090, 8091, 8092,
8093/7093, 8094/7094, 8095/80C95, 8096/80C96,
8097/80C97, 8098/80C98, 8121, 8123, 8131/7131,
8160/7160, 8200/7200, 8205/3205, 8212/3212,
8216/3216, 8219/82C19, 8220/7220, 8226/3226, 8230,
8231, 8233, 8234, 8235, 8241, 8242, 8250, 8251, 8252,
82562, 8263, 8264, 8266, 8267, 8270, 8271, 8280, 8281,
8282, 8283, 8286, 8287, 8290, 8291, 8292, 8293, 8415A,
8455A, 8470A, 8471A, 8480A, 8481A, 8490A, 8530,
8532, 8533, 8555, 8556, 8560, 8563, 8570, 8590,
8640/7640, 8641/7641, 8808A, 8810/7810, 8811/7811,
8812/7812, 8815A, 8816A, 8819/7819, 8829A, 8830,
8833/7833, 8835/7835, 8836/7836, 8837/7837,
8838/7838, 8840A, 8848A, 8855A, 8870A, 8875A, 8880A,
8881A, 8885A, 8890A, 8891A, 9000, 9001, 9002, 9003,
9004, 9007, 9009, 9012, 9016, 9017, 9024, 9300, 9301,
9308, 9309, 9310, 9312, 9314, 9316, 9317, 9318, 9321,
9322, 9324, 9334, 93547, 93S62, 9368, 9370, 8H16,
8H70, 8H80, 8H90, 8T09, 8T10, 8T13, 8T14, 8T22, 8T23,
8T24, 8726, 8728, 8T37, 8T38, 8T80, 8T90, 8T93, 8T94,
8T95, 8T96, 8T97, 8T98, 8T125, 817245, Am25LS07,
Am25LS08, Am25LS09, Am25S10, Am25LS14,
Am25LS15, Am25S18, Am25L.S22, Am25L.S23,
Am25LS2518, Am25LS2519, Am25L.S2521, Am2946,
Am2947, Am29520, Am29521, Am29827, Am29828,
Am29841, Am29842, Am29843, Am29844, Am29845,
Am29846, Am7303, Am7304, Am7307, Am7308,
AmZ8121, Am81LS95, Am81LS96, Am81LS97,
Am81LS98, Am8303, Am8304, Am8307, Am8308,
Am93S10, Am93S16, Am9341, MC4015, MC6880,
MC6882, MC6885, MC6886, MC6887, MC6888, MC6889,
MC14495, DS1630, DS1631, DS1632, DS1633, DS1634,
DS3630, DS3631, DS3632, DS3633, DS3634, DS3662,
DS16149, DS16179
Misc Logic | BA12003, CA3045, CA3046, CA3081, CA3082, CA3083,

2 CA3086, CA3161, L20x, L70x, QS3384, TD6208X,
TD6278xRev8, ULN200x, ULN201x, ULN202x, ULN2064,
ULN2074/76, ULN280x, ULN282x, UDN6118,
UDN298xRev8, LMx24, LMx39, LM2900, uA741,
FCJ121Rev1, D345, D346, D492, D718, K155IE1,
KR559IP1, KR559IP2, SNG4xRev5, SNG6xRev5,
SNG9xRev5, SNG13xRev5, SNG14xRev5, SNG15xRev5,
SNG16xRev5, SNG19xRev5, SNG22xRev5,
SNG23xRev5, SNG24xRev5, SNG26xRev5,
SNG32xRev5, SP302A, SP304A, SP305A, SP306A,
SP314A, SP317A, SP334A, SP337A, SP357A, SP358A,
SP370A, SP374A, SP375A, SP377A, SP380A, SP381A,
SP384A, SP387A, SP391A, CBM251641-02,
CBM906114-01,

Zum Test der Ost-Typen kann auch das entsprechende West-Pendant gewahlt werden.

Einige Tests wurden nach Datenblattern implementiert. Die Ubersichtsliste fir Logikchips gibt eine
Ubersicht, welche Tests verifiziert wurden. Sollte bei einem Logikchip ein ,false negative®, also ein
korrekter Chip als fehlerhaft, gemeldet werden, dieses bitte als Fehler mitteilen.



Retro Chip Tester Pro Seite 16 © 2019-2025 http://8bit-museum.de

Logik-Chips
PAL Auslesen von PALs (nicht ,registered”, nur rein
kombinatorische Typen), z.B. PAL10H8, PAL12H6,
PAL14H4, PAL16H2, PAL10L8, PAL12L6, PAL14L4,
PAL16L2, PAL16C1

Programmierbare Chips
EPROM 2708 (Adapter erforderlich)

EPROM 2716/2516 (Adapter erforderlich),
auch Hitachi HN48016 EEPROM

EPROM TMS2716 (Adapter erforderlich)
EPROM 2532 (Adapter erforderlich)
EPROM 2732 (Adapter erforderlich)
EPROM 2564 (Adapter erforderlich)

Weitere Features:

Uber 120 verschiedene SRAMs (>700 auf der Vergleichsliste), mehrere FIFO RAMs und (ber
30 verschiedene DRAMs (>250 auf der Vergleichsliste) konnen getestet werden.

Es kénnen zwolf SRAMs, drei DRAMs und drei ROMs selbst definiert werden.

Uber 80 verschiedene ROMs, PROMs und EPROMs kénnen ausgelesen werden (>650 auf der
Vergleichsliste).

ROMs koénnen Uber die CRC32 identifiziert werden (externe Datenbankdateien enthalten ca.
400.000 ROMs).

Von uber 420 EPROMSs kénnen Hersteller und Typ identifiziert werden.

Sechs EPROMSs kénnen programmiert werden.

Uber 1200 Logik-ICs kénnen gepriift werden.

Einfacher Taktgenerator (300 Hz bis 8 MHz)

Einfacher Frequenzzahler (1 Hz bis 2 MHz)

Suche eines Chips Uber eine eingebaute Datenbank mit knapp 750 Vergleichstypen.

Der Inhalt der unterstiitzen ROMs / PROMs / EPROMs kann auf einer SD-Speicherkarte
gesichert werden (geeigneter SD-Kartenadapter vorausgesetzt).

PALs/GALs kdnnen (mit Einschrankungen) kombinatorisch ausgelesen werden.

Alle Pins besitzen einen Uberspannungsschutz bis 40V und sind Kurzschlussfest.

Da der Tester einen recht gunstigen ATmega2560 einsetzt, mussten einige kleinere Kompromisse
eingegangen werden. Auf die bekannten Probleme und Einschrankungen wird in Abschnitt 7 naher
eingegangen. Auch wenn nicht alle Fehler erkannt werden koénnen, durften fur die meisten
Anwendungsfalle die Ergebnisse jedoch ausreichend valide sein.
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2 Bedienung
2.1 Tastenbelegung

Die Tasten sind teilweise mehrfach belegt.

Im IC-Menu / IC-Submenu:

SELECT JUMP OK FUNC Function
BACK FWRD TOP
X einen Chip zuriick
X einen Chip weiter
X X Sprung zum Ausgang’
X Sprung zum Hauptmen(? oder ins
Untermenu
X Teste ausgewahlten Chip
gedruckt alternativer Mode (in einigen Fallen),
halten z.B. Speichern
Im TTL-Menu:
SELECT JUMP FUNC
BACK | FWRD oK TOP Function
X einen Chip zurick
geelile schnell zuriick
halten
X einen Chip weiter
gﬁglrti;kt schnell weiter
X X Sprung zum Ausgang /
Beende Loop-Modus
X Verlasse Menu /
Beende Loop-Modus
X Teste ausgewahlten Chip

1 nur im Unterment
2 nur im Untermen(
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Im Such-Mend:

SELECT | JUMP OK FUNC Function
BACK FWRD TOP
X einen Eintrag weiter (gleicher Prafix)
X nachstes Zeichen
X X zurlck zum Anfang
X zurtick zum Anfang
X Auswahl

Im Config-Men:

SELECT | JUMP OK FUNC Function
BACK FWRD TOP
X einen Eintrag zurtick
X einen Eintrag weiter
X X Sprung zum Ausgang
X Sprung zum Ausgang
X Auswahl
Im PAL-Menu:
SELECT | JUMP FUNC
Back | Fwrp | oK TOP Function
X Cursor nach rechts
Wechseln innerhalb der Gruppe
[ = Eingabe / [O] = Ausgabe /
X [-] = Ignoriert
bzw.
[G1=GND/[V]=Vss
X X Wechsel der Gruppe [IO-] und [GV]
X Wechsel der Gruppe [IO-] und [GV]
X Auswahl
TIPP: *pRess
Anstelle die (langen) Taster zu druicken, ist es einfacher diese leicht zur Seite zu —_—
kippen. Insbesondere zwei Taster kbnnen so sehr leicht gleichzeitig ausgeldst ~—
werden.
|

4
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2.2 Das Menu

Das HauptmenU ist inzwischen recht gro} geworden. Aus diesem Grund wurden die Chips bzw.
Funktionen in mehreren Untermenils angeordnet. Im Hauptmenu kann ausgewahlt werden:

Hauptmenii
SRAMs common
SRAMs uncommon
SRAMs cypress
DRAMs common
DRAMs uncommon
FIFO
EPROM
PROM/ROM 1
PROM/ROM 2
LOGIC
CUSTOM
PROGRAMMING
SERVICE

Abbildung 2.1: Hauptmeni

Das Menti gibt nur einen ,Haupttypen® vor, mit dem noch weitere ICs getestet werden kénnen. Aus den
Vergleichslisten geht hervor, welche Einstellung konkret flr einen expliziten Chip korrekt ist.

Menu (long form) | Menu (short form)
SRAM (common)
2102 - 1k x 1 2102
2115 -1k x 1 2115
2114 -1k x 4 2114
6550 - 1k x 4 6550
2142 -1k x 4 2142
4118A -1k x 8 4118A
2147 - 4k x 1 2147
xx16 - 2k x 8 xx16
xx64 - 8k x 8 Xx64
xx256 - 32k x 8 xx256
xx512 - 64k x 8 xx512
xx1024 - 128k x 8 xx1024
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Menu (long form) | Menu (short form)
SRAM (uncommon)
3101-16x 4 3101
74219-16 x4 74219
4505 - 64 x 1 4505
74910-64 x 4 74910
93419-64x9 93419
6810-128x 8 6810
3106 - 256 x 1 3106
93410 — 256 x 1 93410
2101 - 256 x 4 2101
2111 -256 x 4 2111
2112 - 256 x 4 2112
74920 - 256 x 4 74920
74921 - 256 x 4 74921
6561 - 256 x 4 6561
81C50 - 256 x 8 81C50
81C51-256 x 8 81C51
81C54 -512x 8 81C54
825208 - 256 x 8 825208
825210 - 256 x 9 825210
828212 - 256 x 9 828212
8185-1k x 8 8185
74170/74670 — 4 x 4 74170/670
TC4039-4x 8 4039
7481/7484 - 16 x 1 7481/84
Menu (long form) | Menu (short form)
SRAM (cypress)
x150 - 1k x 4 x150
x167- 16k x 1 x167
x168 - 4k x 4 x168
x1681 - 4k x 4 x1681
x170 - 4k x 4 x170
x187 - 64k x 1 x187
x188 - 16k x 4 x188
x198 - 16k x 4 x198
x198A - 16k x 4 x198A
x1981 - 16k x 4 x1981
x423 - 256 x 4 x423
x1026 - 256k x 4 x1026
x1257 - 256k x 1 x1257
x1258 - 64k x 4 x1258
x1281 - 64k x 4 x1281
x1298 - 64k x 4 x1298
x1299 - 64k x 4 x1299
xx257 — 32k x 8 xx257
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Menu (long form) | Menu (short form)
DRAM (common)
2104 - 4k x 1 2104
2107 - 4k x 1 2107
4116 - 16k x 1 4116
2118 - 16k x 1 2118
4416 - 16k x 4 4416
4164 - 64k x 1 4164
4464 - 64k x 4 4464
41256 - 256k x 1 41256
44256 - 256k x 4 44256
41024 - 1024k x 1 41024
Menu (long form) | Menu (short form)
DRAM (uncommon)
3732L - 32k x 1 3732L
3732H - 32k x 1 3732H
4532-3 - 32k x 1 4532-3
4532-4 - 32k x 1 4532-4
2108L - 8k x 1 2108L
2108H - 8k x 1 2108H
4108-x0 - 8k x 1 4108-x0
4108-x1 - 8k x 1 4108-x1
5298A - 8k x 1 5298A
5298B - 8k x 1 5298B
4408NLT — 8k x 4 4408NLT
4408NLB - 8k x 4 4408NLB
4132 M1 -32k x 1 4132 M1
4132 M2 - 32k x 1 4132 M2
4332 M1 - 32k x 1 4332 M1
4332 M2 - 32k x 1 4332 M2
41128 TOP - 64k x 1 41128 T
41128 BOT - 64k x 1 41128 B
SIMM30 - 256k x 8 SIMM
SIMM30 - 1M x 8 SIMM
SIMM30-P - 256k x 1 SIMM P.
SIMM30-P - 1M x 1 SIMM P.
SIMM30-P IBM - 256k x 1 SIMM P.
SIMM30-P IBM - 1M x 1 SIMM P.
ZIP20 - 64k x 4 ZIP64
ZIP16 - 256k x 1 ZIP256
ZIP20 - 256k x 4 ZIP256
ZIP20 - 1024k x 1 ZIP1024
ZIP20 - 1024k x 4 ZIP1024
4008 — 1k x 1 4008
6605 - 4k x 1 6605
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Menu (long form) | Menu (short form)
FIFO RAMs
40105 (16 x 4) 40105
74222/27 (16 x 4) 74222/27
74224/28/32 (16 x 4) 74224/28
74225 (16 x 5) 74225
74229/33 (16 x 5) 74229/33
74234/36 (64 x 4) 74234/36
74235 (64 x 5) 74256
747404 (64 x 5) 747404
7200 (256 x 9) 7200
7201 (512 x 9) 7201
7202 (1024 x 9) 7202
7203 (2048 x 9) 7203
7204 (4096 x 9) 7204
7200 (256 x 9) PLCC32 7200 PLCC
7201 (512 x 9) PLCC32 7201 PLCC
7202 (1024 x 9) PLCC32 7202 PLCC
7203 (2048 x 9) PLCC32 7203 PLCC
7204 (4096 x 9) PLCC32 7204 PLCC
Menu (long form) | Menu (short form)
EPROMs
2716 -2k x 8 2716
2732 -4k x 8 2732
2764 -8k x 8 2764
27128 - 16k x 8 27128
27256 - 32k x 8 27256
27512 - 64k x 8 27512
271001 - 128k x 8 271001
272001 - 256k x 8 272001
274001 - 512k x 8 274001
1702 - 256 x 8 1702
2704 -512x 8 2704
2708 - 1k x 8 2708
TMS2716 — 2k x 8 TMS2716
TMS2564 — 8k x 8 TMS2564
VCS/2600 Cart VCS/2600
ES 2764-27128 2764+
ES 27256-27512 27256+
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Menu (long form) | Menu (short form)
ROMs / PROMs 1
2308 - 1k x 8 2308
2316A -2k x 8 2316A
2316B - 2k x 8 2316B
2332 -4k x 8 2332
2364(24) - 8k x 8 2364(24)
2364(28) - 8k x 8 2364(28)
23128 - 16k x 8 23128
23256 - 32k x 8 23256
23512 -64k x 8 23512
231000 - 128k x 8 231000
232000 - 256k x 8 232000
234000 - 512k x 8 234000
6540 - 2k x 8 6540
RO-3-2513 — 64x8x5 2513
6670 — 128x7x5 6670
2804 — 512 x 8 EEPROM 2804

Menu (long form)

Menu (short form)

ROMs / PROMs 2

7488/188/288 - 32x8 7488
74186 - 64x8 74186
4187/287/387 - 256x4 74187
74S271/470 - 256x8 74S271
74S270/570 - 512x4 748270
7T4S472/473 - 512x8 748472
7T4S474/475 - 512x8 745474
74S476/572 — 1k x4 745476
74S478/479 — 1k x8 745478
825184/185 — 2k x4 825184
825190/191 — 2k x8 825190
825195 — 4k x4 825195
825321 — 4k x8 825321
825641 — 8k x8 825641
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Menu (long form) | Menu (short form)
LOGIC

7400+ Logic Tests
74300+ Logic Tests
74600+ Logic Tests
75000+ Logic Tests
4000 Logic Tests
4500 Logic Tests
Misc Logic Tests 1
Misc Logic Tests 2
USSR TTL Logic
USSR CMOS Logic

Misc Tests
PAL 20pin PAL
PAL 24pin PAL
Identify Logic IC
Joystick Test

Visual Fuzzy Test
Clock Generator
Frequency Counter

Menu (long form) | Menu (short form)
CUSTOM SRAMs / DRAMs
12 x SRAMs
3 x DRAMs
3 x ROMs

Menu (long form) | Menu (short form)
PROGRAMMING

2708
2716 /2516
TMS2716
2532
2732
2564

Menu (long form) | Menu (short form)
SERVICE

Search
Info
Enter Config
Selftest

,Gelb“ hinterlegte Eintrége bendtigen einen speziellen Adapter.
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Ubersicht iiber die Aufteilung des ,,LOGIC* Meniis:
7400+ Logic

7400 01 74H01 0203 04 0506 07 08091011 121314 151617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 74LS51 52 53 74H53 54 74H54
74L.S54 74H55 74L.S55 56(*) 57 58 60 61(*) 62 64 65 68(**) 69(**) 70 74H71 74L71 72 73 74 75 76
74LS76 77 74H78 74L78 74LS78 79(*) 80 82 83 85 74C85 86 74L86 87 90 74C90 91 92 93 74C93
74193 94 74C95 74195 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 74LS107 108 109 110 111
112 113 114 115116 118 119 120 121 122 123 125 126 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138
139 140 141 142 143 144 145 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 221 230(*) 231 237 238 240 241 242 243 244 245 246 247 248
249 251 253 255(**) 256 257 258 259 260 261 265 266 269 273 275 276 278 279 280 283 284 285 286
290 292 293 294 295 298 299

74300+ Logic

74322 323 340 341 344 347 348 350 351(**) 352 353 354 355 356 357 363 364 365 366 367 368 373
374 375 376 377 378 379 381 74F381 382 74F382 384 385(*) 386 388(**) 390 393 395 396 398 399
743405 412 74S416 422 423 425 426 TAFA32(*) 436(**) 437(**) 440 441 442 443 444 445 446 447
448 449(**) 456 461 465 466 467 468 490 518 519 520 521 522 524 526 527 528(*) 533 534 535 536
537 538 539 540 541 543 544 545 546(**) 547(**) TAF547 T4F548(**) 560 561 563 564 566(**) 567(**)
568 569 74L.S573 574 575 576 577 579 580 583 588 589 590 591(*) 592 593 594 595 596 597 598 599

74600+ Logic

74604 605 606 607 620 621 622 623 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 651 652 653
654 657 666 667(*) 668 669 671 672(*) 673 674 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688
689 690 691 692 693 696 697 698 699 720(*) 721 740(*) 741(**) T44(*) 748 756 757 758 759 760 762
763 779 793(*) 794 795 796 797 798 800 802 804 805 808 810 821 822 823 824 825 826(*) 827 828
832 841 842 843 844 845 846 848 850(**) 851(**) 857(**) 861(*) 862(*) 863(*) 864(*) 866 867 869 873
874 876 878 879(**) 880 881(*) 885 74ALS900 74C901 74ALS902 74C902 74ALS903 74C903 74C904
74C906 74C914 74C915 74S940(*) 74S941(*) 990 991 992(*) 993 994(*) 995 996 1000 1002 1003
1004 1005 1008 1010 1011 1020 1032 1034 1035 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1620 1621 1622
1623 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 2540 2541 3037 7001 7002(*) 7014(*) 7032(*) 7266
8541(*) 9034(*) 9035(*) 9114(*) 9115(*) 9134(*) 9135(*) 9240(*) 9244(*) 9245(*)

75000+ Logic

75121(**) 122(**) 123 124 125(**) 127 138 140 154 160 172 173 189 361-8 361-14 450 451 452 453
454 460 461 462 463 464 466 467 468 469 470 471 472 473 474 491 492 494 497 498

4000+ Logic

4000 0102 06 0708 0910111213 141516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
353840414243 44 48 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 63 66 67 68 69 7071 7273 7576 77 78 81 82
85 86 93 94 95 96 97 98 99 014 032 097 098 101 102 103 104 106 107 109 110 116 147 160 161 162
163 174 175 192 193 194 240 244 245(*) 257(*) 373(*) 374 511 4316 4428

4500+ Logic

4501 02 03 04 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22 26 28 29 30 31 32 38 39 43 51 55 56 58 60
61 72 74 84 85 98 4723(**) 4724 4929 4930 4931 4934(**) 4935(**) 49700 49701 49702 49703
49704(**) 49705 49710(**) 49711 49713(**) 49714(**) 49805(*)



Retro Chip Tester Pro Seite 26 © 2019-2025 http://8bit-museum.de

Misc Logic 1

3205 3212 3216 3226 3404 6529 7640(*) 7641 7707 7708 7709 7711 7712 7713 7714 7715 7810(*)
7811(*) 7812(*) 7819(*) 7833 7835 7837 7838 8708 8713 7093(*) 7094(*) 7131 7160 7220 74L90 74L93
8090 8091 8092 8093(*) 8094(*) 8095(*) 80C95(*) 8096(*) 80CIB(*) 8097(*) 80CI7(*) 8098 80CI8 8121
8123 8131 8160 8200 8205 8212 8216 8219 82C19 8220 8226 8230(*) 8231(*) 8233(*) 8234(*) 8235(*)
8241 8242 8250(*) 8251(*) 8252 82562 8263 8264 8266 8267 8270 8271 8280 8281 8282 8283 8286
8287 8290(*) 8291(*) 8292(*) 8293(*) 8415A(*) 8455A(*) 8470A(*) 847 1A(*) 8480A(*) 8481A(*) 8490A(*)
8530 8532(*) 8533(*) 8555 8556 8560 8563 8570(*) 8590(*) 8640(*) 8641 86L75 86L76 86193 8808A(*)
8810(*) 8811(*) 8812(*) 8815A 8816A(*) 8819(*) 8829A(*) 8830 8833 8835 8835 8837 8838 8840A(*)
8848A(*) 8855A(*) 8870A(*) 8875A(*) 8880A(*) 8881A 8885A(*) 8890A(*) 8891A(*) 9000(*) 9001(*)
9002(*) 9003(*) 9004(*) 9007(*) 9009 9012(*) 9016(*) 9017(*) 9024(*) 9300(*) 9301(*) 9308 9309 9310
9312(**) 9314 9316 9317 9318 9321(*) 9322 9324(**) 9334 93547 93562 9368 9370 9602 8H16(*)
8H70(*) 8H80(*) 8HI0(*) 8TO9(*) 8T10 8T13 8T14 8T22(*) 8T23 8T24 8T26 8T28 8T37 8T38 8T80(*)
8T90(*) 8T93(*) 8T94(*) 8T95 8T96 8T97 8T98 8T125(*) 8T245 9H50 9H51 Am25LS07(*) Am25LS08(*)
Am25LS09 Am25S10 Am25LS14 Am25LS15(**) Am25S18 Am25LS22(*) Am25LS23(*)
Am25LS2518(**) Am25LS2519(**) Am25L.S2521 Am2946 Am2947 Am29520A(*) Am29521A Am29827
Am29828 Am29841 Am29842 Am29843(*) Am29844(*) Am29845(*) Am29846(*) Am7303 Am7304
Am7307 Am7308 AmZ8121 Am81LS95 Am81LS96 Am81LS97 Am81LS98 Am8303 Am8304 Am8307
Am8308 Am93S10 Am93S16 Am9341 MC3482 MC4015 MC6880 MC6882 MC6885 MC6886 MC6887
MC6888 MC6889 MC14495 DS1630(*) DS1631 DS1632 DS1633(*) DS1634(*) DS3630(*) DS3631
DS3632 DS3633 DS3634 DS3662 DS16149 DS16179 DS36149 DS36179

Misc Logic 2

BA12003 CA3045(**) CA3046 CA3081 CA3082 CA3083 CA3086 CA3161 L20x L70x QS3384 TD6208x
TD6278x ULN200x ULN201x ULN202x ULN2064 ULN2074 ULN280x ULN282x UDN6118 UDN298x
LMx24 LMx39 LM2900 LM3900 uA741 FCJ121 D345 D346 D492 D718 K155IE1 KR559IP1 KR5591P2
SNG40(*) SNGB0(*) SNG9I0(*) SNG130(*) SNG140(*) SNG150(*) SNG160(*) SNG190(*) SNG220(*)
SNG230 SNG240(*) SNG260(*) SP302A(*) SP304A(*) SP305A(*) SP306A(*) SP314A SP317A(*)
SP334A(*) SP337A(*) SP357A(*) SP358A(*) SP370A(*) SP374A(*) SP375A(*) SP377A(*) SP380A
SP381A(*) SP384A(*) SP387A(*) SP391A(*) CBM251641-02 CBM906114-01

Misc Tests

DIS1417 DL1414 DL2416 HP730x HP7340 TIL306/307 TIL308/309 TIL311 VQB76

(*) getestet, nicht verifiziert, (**) ungetestet
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2.3 Suchen eines ICs / Unterstutzte ICs

Das Menu zeigt nur einen IC stellvertretend fur mehrere ICs desselben Typs an. Zum Ermitteln des
korrekten Tests werden vier PDF-Dateien und eine HTML-Datei zur Verfligung gestellt.

Die PDF-Dateien enthalten eine Ubersicht der unterstiitzten SRAMs, DRAMs, (EP)ROMs und Logik-
ICs und welcher Test fir den jeweiligen Baustein verwendet werden kann.

Die HTML-Datei enthalt dieselben Informationen zusammengefasst mit einer Abfragemaske. Da einige
ICs gleiche Bezeichnungen verwenden und die HTML-Datei nur den jeweils ersten gefundenen IC
anzeigt, kann diese die PDF-Dateien jedoch nicht vollstandig ersetzen.

Nach dem Aufruf erscheint folgende Webseite:

Retro Chip Tester Pro

Supported IC database

2021-05-21

Help:
4560 finds 74560 (4-bit decade counter)
4560 (start of text) finds 4560 (NBCD adder)
MK4015 finds "2104" as correct test

Search database: | |
Options: [ start of text

Abbildung 2.2: Startbildschirm
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Nach der Eingabe einer IC-Bezeichnung wird die notwendige Testeinstellung hinter ,Select:”
ausgegeben. Bei einem ,MK4015" ware dieses der Test ,2104"

Retro Chip Tester Pro

Supported IC database

2021-05-21

Help:
4560 finds 74560 (4-bit decade counter)
4560 (start of text) finds 4560 (NBCD adder)
MK4015 finds "2104" as correct test

Search database: |mk4015 |
Options: [ start of text

Mostek MK4015
DRAM (4k x 1)
Status: supported
Select: 2104
Alternatives:
D2104A, FM4027, MB8227, IM7027,
ITT4027, MK4027, MK4096, MK4200

MCM4027, MCM6604, uPD414, 2660,
4027, TMS4027

hitp:i8bit-museum.delrct

Abbildung 2.3: Suche nach MK4015

Achtung: Die ,Alternativen“ kdnnen alle mit diesem Test gepruft werden, sind aber nicht unbedingt als
Ersatz im realen System geeignet.

iPhone/iPad User:

Die Datei nicht aus einer E-Mail heraus 6ffnen (Javascript wird dann nicht ausgefihrt), sondern auf dem
Gerat ablegen (oder in einer Dropbox, Google Drive etc.) und dann 6ffnen.
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3 Testen von Chips

3.1 Testen von SRAMs und DRAMs

3.1.1 Einsetzen von Chips

Alle Chips werden linksblndig eingesetzt. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, bitte die Hinweise bei
den TTL Chips beachten.

Abbildung 3.1: Korrekte Position des Chips

Sollte hinter der Typenbezeichnung ein ,Pos x“ ausgeben werden, so muss der Chip an ,Position x“ in
den Sockel eingesetzt werden. Normalerweise werden die Chips linksblindig eingesetzt (entspricht ,,Pos
1%). Da einige Chips die Spannungsversorgung an nicht an den Ublichen Pins (z.B. 7475, 7490, 7492,
7493) erwarten, ist dieser Chip dann versetzt einzusetzen (,Pos 4 bedeutet also, dass drei Reihen frei
bleiben missen).

-

Tu3r 7498 Pos 4 (140
{ Decade Counter

i b b i B i B B B i e e B B B |

L

Abbildung 3.2: Chip eingesetzt an Position 4 (7490)

der richtige IC eingesetzt wurde bzw. der Chip Gberhaupt getestet werden kann. Wenn der
Vortest fehlschlagt, wird sofort die Meldung ,<IC type> Test failed" ausgegeben.
Der Vortest kann in der Konfiguration ausgeschaltet werden (,Chip detection®).

Bevor der eigentliche Test beginnt, fuhrt der RCT einen Vortest durch, um zu prufen, ob :
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3.1.2 Auswahl des korrekten Bausteins

Das Menu erlaubt die Auswahl des zu testenden Chips. Aufgrund des begrenzten Platzes wird nur ein
einzelner ,Haupttyp angezeigt. Die Kompatibilitatsliste fir SRAMs / DRAMs gibt Auskunft, welcher
Menupunkt im Einzelfall korrekt ist (Beispiel: Ein Am2148 ist identisch mit einem 2114 (1k x 4), d.h.
Mentauswahl ,211 4"

Abbildung 3.3: Beispiele: Auswahl eines ,2114“ SRAM bzw. ,4116“ DRAM

Sollte der Typ nicht aus der Bezeichnung direkt ablesbar sein, kann von der Website je eine
Vergleichsliste fur SRAMs, DRAMs und ROMs heruntergeladen werden, welche die korrekte Einstellung
fur viele Speicherbausteine auflistet.
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3.1.3 Ausgabe des Testergebnis

Bei einem erfolgreichen Test wird passed ausgegeben. Schlagt der Test fehl, wird die defekte
Speicherzelle (z.B. A: 13F4) und der erwartete und gelesene Wert ausgegeben (z.B. 5>F =Wert 1010
erwartet, gelesen wurde 1111).

Abbildung 3.5: Fehlgeschlagene Tests eines 6550 (erwartet b0000, gelesen b0010)
an Adresse 0x02CO0 und 4116 (erwartet 1, gelesen 0) an Adresse 0x3840

Der Testablauf ist wie folgt:

# | Test Beschreibung Anzeige bei Fehler / Grund

1 Pre-Test Es wird gepruft, ob der Speicherbaustein ,Pre-Test"
grundsatzlich ansprechbar ist.

e kein IC eingesetzt
Test wird durchgeflhrt, wenn in der e |C defekt
Konfiguration ,Chip detect:* auf ,1* (Standard)
oder ,2“ gesetzt ist.

Test, ob ,,Chip Enable® funktionsfahig. ,Defect CE"

Test wird bei SRAM durchgefiihrt, wenn inder | « | Chip Enable” Signal defekt
Konfiguration ,Chip detect:“ auf ,2“ gesetzt ist.

Test, ob Adressdekoder funktionsfahig. yAddrDecoder: HHHHHH®

Test wird durchgefihrt, wenn in der e Adressdekoder defekt
Konfiguration ,Chip detect:” auf ,2 gesetztist. | «  evtl. Speicherfehler

2 | Haupttest Die Speichermatrix wird getestet. ,A: HHHHHH H>H“

e Speicherfehler

Hinweis:

Standardmalig wird der ,,Pre-Test* durchgefiihrt (in der Konfiguration ist ,,Chip detect: 1 standardmaRig
eingestellt). Mit ,Chip detect: 2“ werden erweiterte Tests aktiviert (CE und Adressdekoder). Wird ,,Chip
detect: 0“ eingestellt, sind die ,Pre-Tests* vollstdndig deaktiviert. Die ,Pre-Tests“ werden auch
Ubersprungen, wenn die Testergebnisse gespeichert werden sollen (siehe Kapitel 3.1.4).
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Fehler im Adressdekoder

Bei einem Fehler im Adressdecoder wird ein Hexadezimalwert angezeigt. Jedem Bit in diesem Wert ist
eine Adressleitung zugeordnet. Wenn Bit 0 gesetzt ist, ist AO fehlerhaft, wenn Bit 1 gesetzt ist, dann A1
usw. Bei DRAM wird in den unteren Bits die Zeilenadressen und in den oberen Bits die Spaltenadressen
ausgegeben.

Beispiel:

SRAM mit Ausgabe "AddrDecoder: 010080" (0000 0001 0000 0000 1000 0000):
Bit 7 und Bit 16 sind gesetzt 2> A7 und A16 sind fehlerhaft

DRAM (4116) mit Ausgabe "addrDecoder: 000102“ (0000 0000 0000 0001 0000 0010):

Ein 4116 besitzt sieben Adressleitungen fur Zeilen und genauso viele fur Spalten, daher Bit 0-6 fur
Zeilen/RAS, Bit 7-13 fur Spalten/CAS) - Bit 1 ist gesetzt = A1 mit RAS, Bit 8 ist gesetzt = A1 mit CAS
fehlerhaft.

Wichtig:

Der Chip Tester erkennt defekte Speicherzellen sehr zuverlassig. Wird derselbe
Speicherbaustein mehrfach getestet und der Fehler tritt immer an derselben Speicherzelle
auf, dann ist diese mit groRer Sicherheit defekt und damit der Speicherbaustein.

Leider gibt es auch Fehler, die nicht so eindeutig sind:

Wird ein Speicherbaustein mehrfach getestet und tritt der Fehler an unterschiedlichen Speicherzellen
auf, dann ist es durchaus mdglich, dass der Speicher zu langsam flir den Test ist (d.h. die Zugriffszeit
uber die Jahre gréler geworden ist), die Spannungspegel am Ausgang nicht mehr der Spezifikation
entsprechen oder die Eingange einen hoéheren Strom bendtigen, den der Tester nicht zur Verfligung
stellen kann (max. 8mA). Das Kapitel 7 geht auf weitere mogliche Probleme ein.

Diese Speicherbausteine kénnen in einem Heimcomputer noch funktionieren. Erhéhte Zugriffzeiten
falleni.d.R. nicht auf. Auch bei Signalpegeln, die nicht mehr genau der Spezifikation entsprechen (genau
kénnen diese nicht eingehalten werden, siehe auch Kapitel 7), kann ein Computer noch fehlerfrei
funktionieren (zumindest eine gewisse Zeit lang). Der Tester wird aber bei langsamen Bausteinen oder
einem unzureichenden Signalpegel einen Fehler melden.

Es wird nicht getestet, ob ein Baustein in einem bestimmten Computer noch funktioniert,
sondern ob die vorgegebenen Grenzen eingehalten werden.
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Die Testdauer betragt ungefahr:

8k x 8 SRAM (6264)
Pattern Tests (0-Test, 1-Test, etc.) ca. 5s je Test
Random Test ca.7s
March Y ca. 20s
March U ca. 40s

64k x 8 SRAM (62512)

Pattern Tests (0-Test, 1-Test, etc.) ca. 30s je Test
Random Test ca. 55s
March Y ca. 2:00min
March U ca. 3:30min
16k x 1 DRAM (4116)
Pattern Tests (0-Test, 1-Test, etc.) ca. 1,5s je Test
Random Test ca. 4,5s
March Y ca. 8s
March U ca. 13s
1024k x 8 SIMM/SIPP
Pattern Tests (0-Test, 1-Test, etc.) ca. 1:30min je Test
Random Test ca. 5:00min
March Y ca. 11:30min
March U ca. 21:00min
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3.1.4 Speichern des Testergebnisses

Die bei einem Test gelesenen Inhalte kénnen auf einer SD-Speicherkarte gesichert werden. Hierzu
muss

e ein Kartenadapter mit einer geeigneten Speicherkarte angeschlossen sein,
o die SD-Kartenunterstiitzung in der Konfiguration eingeschaltet sein (,SD Card: 1),

¢ die Dump-Funktion in der Konfiguration eingeschaltet sein (,Alt. mode: 1%).

Wird der Speichertest mit einem langem Druck auf die OK-Taste gestartet, wird die Datei
<chip>.<xxx> erzeugt, wobei ,xxx" eine fortlaufende Zahl ist. Es kénnen also mehrere gleiche
Chiptypen nacheinander getestet werden.

Der Testvorgang wird nicht — wir bei einem normalen Test - bei einem Fehler direkt abgebrochen,
sondern es werden alle Tests durchgefuhrt und erst am Ende wird der erste gefundene Fehler
angezeigt.

Der Datei enthalt den gesamten Chipinhalt von allen Tests hintereinander. Bei einem 6550 SRAM (1
kByte x 4) ist die Datei wir folgt aufgebaut:

0x0000 0-Test (0000)

0x0400 5-Test (0101)

0x0800 A-Test (1010)

0x0CO00 F-Test (1111)

0x1000 count+ (0,1,2,3,4...)
0x1400 count- (f, e, d, c, ...)
0x1800 Random(16) gelesen
0x1C00 Random(16) geschrieben

Bei einem 1-bittigen Speicher, entfallen ein paar Tests, somit ergibt sich folgende Aufteilung: 0-Test (0),
1-Test (1), 01-Test (0101), 10-Test (1010), Random(2).

Bei einem 8-bittigen Speicher werden dann 0x55, OxAA, OxFF beim Pattern-Test und Random(256)
verwendet.
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Beispiele fiir ein korrektes 6550 SRAM:

gooooooo 00 00 00 00 0O 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
goooogolo 00 0O OO 00 QO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
goooogozo 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 OO0
gooogos30 00 00 00 00 0O 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 OO0

0-Test (0000)

goooo4o0 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 0L 05 05 05 05
goooo410 0L 05 0L 05 0> 05 05 05 05 05 05 0> 05 03 05 03
ooooo4z0 0L 05 0L 05 0L 05 05 05 05 0Ob 05 0L 05 05 05 05
goooo4s30 05 05 05 05 0L 0L 0L 0L 05 05 05 05 0L 0L 05 05

5-Test (0101)

QO000800 0Oa 0a Oa Oa Oa Ua Oa Oa 0Oa Oa Oa 0Oa Ua 0a 0Oa Oa
Qo000810 Oa Ua Ua Ua Ua Ua Ua Ua Da Oa Oa Ua Oa Oa Oa Oa
Q0000820 Oa Ua Ua Ua Ua Ua UOa Ua 0Da 0Oa 0Oa Oa Oa Oa Oa Da
Q0000830 Oa Ca Oa Ua Ua Ua Oa UOa 0Oa 0Oa Oa Oa Oa Oa Oa Oa

A-Test (1010)

gooooc00 Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of
gooooelo Of Of Of Of Oof Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of
gooooecz20 Of Of Of Of Oof Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of
gooooc30 Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of Of

F-Test (1111)

gooolo0o00 0D 01 0z O3 04 05 O OF 08 03 Oa Ob Oc Od Oe Of
gooololo 00 01 0z O3 04 05 06 07 08 09 Oa 0Ok Oc Od Oe Of
00001020 00 01 0OZ 03 04 0Ob 0O OF7 08 0% 0Oa 0Ok Oc 0Od Oe Of
00001030 00 01 0Z 03 04 0Ob 0O OF 08 0% 0Oa 0Ok Oc 0Od Oe Of

count+

00001400 Of Qe Od4 Oc Ok Oa 09 08 07 06 05 04 03 02 01 0O
00001410 Of Oe O4d Oc Ok Oa 09 08 07 06 0> 04 03 0z 01 00
00001420 Of Qe Od4 Oc Ok Oa 09 08 07 06 05 04 03 02 01 0O
00001430 Of Oe O4d Oc Ok Oa 09 08 07 06 05 04 O3 0z 01 OO0

count-

Address o 1 2 3 4 5 65 7 8 9 a b c d e f "pAddress g1 2 3 4 5 & 7 8 % a b c d e f
00001800 0Oc 09 05 08 05 0d Oa Oa 05 01 O0d Ok Oc Oa 06 05 00001c00 Oc 09 05 08 05 0d Oa Ca 05 01 Od Ob Oc Oa 06 05
00001810 0Oc 03 01 02 05 Oe 00 0d Of Ob Oe 01 03 Oc 04 Oe 00001cld Oc 03 01 02 05 Oe 00 0d Of Ob Oe 01 03 Oc 0d Qe
00001820 0k 06 06 0f 0% 05 Ob 04 03 08 Oc 0d 08 0Od 06 06 00001c20 Ok 06 06 Of 09 05 Ob 04 03 08 Oc 0d 08 0d 06 0B
00001830 0Oc Oa 0a 07 02 01 05 00 Cb 04 06 08 00 02 Oa Oe 00001c¢30 Oc Oa Oa 07 02 01 05 00 Ob 04 06 08 00 02 Oa Qe
00001840 0d 00 Oc 08 Oc 02 Oe Od Oc 00 00 Oe Oc Of 08 03 00001c40 Od 00 Oc 08 Oc 02 Oe 0d Oc 00 00 Ce Oc Of 08 03
00001850 0d Oe 03 0e 09 02 Oe 05 06 04 03 05 01 09 00 06 00001c50 0d Oe 03 0Oe 09 02 Oe 05 06 04 03 05 01 09 00 08
00001860 05 0d 0b 04 07 03 00 02 07 03 00 Oa 05 08 06 Oa 00001ced 05 0d 0b 04 07 03 00 02 07 03 00 Oa 05 08 06 Oa

Random (16) gelesen Random (16) geschrieben
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Beispiele fiir defekte 6550 SRAMs:

00000800 Ok Ob Ob Ob Ok Ob Ob Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ob QOa Oa
J0000810 Oda Oa Oa Oa Oa Ua Oa Oa Oa Oa Oa Oa Oa Oa Oa Oa
Q0000820 Oa Oa Ua Oa Oa Ua Oa Ua Oa Ua UOa Da Oa Ua Ua Oa
Q0000830 da Da Da Oa Oa Ua Da Ca Oa UOa Ua QOa Oa 0Oa Ua Oa

Fehler im A-Test

gooolooo 01 01 03 03 05 05 07 07 09 09 0Ok 0Ok O4d Od Of O
gooololo 01 01 03 03 05 05 07 07 09 09 0Ob 0Ok O4d Od Of O
gooolozo 01 01 03 03 05 05 07 07 09 05 0Ob 0Ok O4d Od Of O
gooolo30 01 01 03 03 05 05 07 07 09 09 0Ob 0Ok O4d Od Of O
gooolod4o 00 01 0Z 03 04 05 06 07 08 09 Oa 0Ok Oc Od Oe O
gooo0los0 00 01 0Z 03 04 05 06 07 08 09 0Oa Ok Oc O Oe O

Fehler im count+ Test

000000f0 Ob Ob Ob Ub Ob UOb Ob Uk Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob
00000100 Ob UOb Ob Ub Ob UOb Ob Uk Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob Ob
00000110 Ob Ok Ob Uk Ob Uk Ob Ok Ok Ob Ob Ok Ob Ob Ok Ob
00000120 Ob Ok Ob Uk Ok 09 Ob Ok Ok Ob Ob Ok Ok 03 09 OO
gooools0 0% 095 0% 09 0% 09 05 09 Ok 09 01 0% 09 0% 09 09
gooool4o ol 01 0% 09 01 01 01 01 01 01 01 0% 01 01 01 01
googgolso ol 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
goodoolel0 ©O1 01 O1 O1 ©O1 O1 ©O1 ©1 01 O1 01 01 01 01 01 O1
googolvo o1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
googolsc ©O1 01 01 01 01 01 01 O1 01 O01 01 01 01 01 01 01
googolsec o1 01 01 01 01 O1 01 O1 01 O1 01 01 01 01 01 O1
ooooolat O1 01 O1 01 01 01 01 ©O1 01 ©01 01 01 01 01 01 01
oooogolp0 O1 01 O1 01 01 01 01 ©O1 01 ©01 01 01 01 01 01 01
ooooole0 ©O1 01 O1 01 01 O1 01 ©O1 01 ©01 01 01 01 0O 01 01
gooooldo o1 01 oo 00 OO0 00 00 0O 01 01 00 00 00 00 00 01
00000l1le0 OO 0O OO 0O OO 0O OO0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
goooolfo ©O OO0 OO 0O OO0 00 00 0O 0O 00 00 00 00 00 00 00

Fehler im O-Test
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Beispiele fiir ein defektes 2112A SRAM:

Es wurden zufallige Daten in den Speicher geschrieben, aber jeweils 16 aufeinanderfolgende Bytes sind
identisch. Das deutet darauf hin, dass die Adressleitung A4 intern beschadigt ist, d.h. immer LOW ist.
Die vorherigen Tests konnten diesen Fehler nicht erkennen (auch nicht der Count-Test, da der Speicher
eine Breite von 4-Bit hat und das Zahimuster sich damit nach 16 Byte wiederholt).

Ooo0o0700 08 Oa Oc Oa 0Z 01 05 05 07 Od Oe 0Z 0Ok 08 Oc 0OZ
ooooo71o 01 oY 09 0Oe 01 Ok O 0% 00 08 08 00 Of 05 00 Od4d
Qoooo07z0 05 0z 09 07 05 05 01 Oe Oe 03 00 05 00 0% 0Ob 06
ooooo730 04 Of Oa 07 09 01 07 Oe 04 02 01 Oe Oe 05 06 05
ooooo740 07 00 05 03 00 Oe 07 00 05 0Oe 04 Oa 06 Oc 03 03
Qoooo750 06 Of O4d Of 0Z Ok 085 06 05 Oe 05 0L 05 08 Oa 06
0oo0o0760 Oc 00 Ok 01 Oc Of O4d Ob Oa 02 06 05 06 08 0z 01
Qoooo7yYo 0s 0z 01 02 Of 04 01 Ob 00 0% 05 Oa 01 Oe 04 03
0oooo7s0 0a Ok Of Ok 09 05 09 05 Of Oe Of Oa 05 04 Oe 05
Qoopo7s0 0% 07 02 0% 0k 08 05 07 05 04 00 Od4d Oa Ok 01 Of
Qoopoiad 0Oe Of 07 03 04 0a 0% Oc 0Oz 04 00 GOc 03 08 00 06
0000070 0Z Oc 07 0Ok 0Ob 06 03 07 07 00 04 Ok 08 0k 04 Oc

Geschriebene Daten im Random(16) Test

Qoo00e00 01 OY 0% Oe 01 Ok 085 09 00 05 08 00 Of 085 00 Od
00000610 01 07 09 Oe 01 Ok OB 09 00 O OB 00 Of 08 00 O4
Qo000620 04 Of Oa OV 09 01 OV Oe 04 0Z 01 Oe Oe 02 0Ob 03
0000030 04 Of Oa OF 09 01 OV ODe 04 0z 01 Oe Oe 05 06 05
0oo000ed40 06 Of Od Of 02 Ok 08 06 05 Oe 03 05 05 05 Oa 06
00000650 0O Of O4d Of 0z Ob 08 06 0L Oe 0L 0L Ob 08 Oa 06
00000660 OB 02 01 0Oz Of 04 01 Ol OO0 09 0> Oa 01 Oe Od O3
Qoo0o0ey¥0 08 0z 01 0Z Of 04 01 Ok OO0 09 05 Oa 01 Oe O4 03
0o0o000es0 0% OF 02 09 0Ok 06 0> 07 085 O0d4d 00 O4d Oa Ob 01 Of
Qooo00e90 09 07 02 09 Ok 08 05 07 O Od 00 Od Oa Ob 01 Of
000006a0 02 Oc 07 Ok Ok Oc O3 07 OV 00 Od4d Ok 08 Ob Od Oc
00000ek0 0Z Oc 07 Ok Ok Os 03 07 07 00 Od4d Ok 08 0Ob 04 Oc

Gelesene Daten im Random(16) Test
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Hinweise:

> B> B P

Falls normalerweise durch den langen Druck auf die OK Taste eine alternative Funktion
aufrufbar sein sollte, so ist diese solange nicht erreichbar, wie die Dump-Funktion in der
Konfiguration eingeschaltet ist.

Durch die Verwendung der Dump-Funktion verandert sich das Timing beim Auslesen des
Chips (dieser wird langsamer ausgelesen durch die notwendigen Zugriffe auf die SD-
Speicherkarte). Dadurch kann sich das Ergebnis von dem Ergebnis ohne Dump-Funktion
unterscheiden.

Bei DRAMs kann das Ergebnis verfalscht sein, wenn die Zugriffe auf die SD-
Speicherkarte zu langsam stattfinden und dadurch ein Refresh des DRAMs nicht mehr
gewabhrleistet ist.

Wenn die Daten gespeichert werden, wird ein evtl. aktivierter March-Y Test nicht
durchgeflhrt.

3.1.5 Identifizieren von Page Mode, Nibble Mode und Static Column Mode bei DRAMs

Wenn in der Konfiguration die Identifizierung der DRAM Features eingeschaltet ist, versucht der Tester
zu erkennen, ob der Speicherbaustein den Page Mode (PM), Nibble Mode (NM) und ggf. Static Column
Mode (SC) unterstutzt.

Testind 4464
Checking: H

Features: PM _
< EEEEEEEED0O000000 G

Abbildung 3.6: Speicher mit Page Mode
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3.2 Spezielle Speicherbausteine

3.21 Testen von SIMM und SIPP Modulen

Es ist mdglich 256 kByte und 1 Mbyte SIMM und SIPP Module zu testen.

Abbildung 3.7: Adapter fir SIMM und SIPP

Testing SIMM 1824k

Checking: 55

< EEO0O000000000000 -

Abbildung 3.8: Adapter im Sockel

Der Speicher wird in den Adapter gesteckt (entweder als SIMM oder als SIPP) und der Adapter
linksbindig in den Sockel eingesetzt. Es gibt fir jede Speichergréfle zwei Tests, z.B. ,SIMM 1024k x 8*
und ,SIMM-P 1024k x 1. Der Grund dafur ist, dass diese Module als 8-bittige und 9-bittige Module
hergestellt wurden (also mit einem Parity-Bit). ,SIMM NNN x 8“ testet also das eigentliche Modul,
~SIMM-P NNN x 1“ das evtl. vorhandene Parity-Bit.
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Normalerweise erkennt man Module mit Parity-Bit an der Bestiickung mit drei oder mit neun Chips. Um
die Kosten flr Speichermodule zu senken, hatten einige Unternehmen Emulationslogik flir das
Paritatsbit fir 30-Pin-SIMMs entwickelt. Diese Chips, wie der GS81C4100J70 oder der BP41C1000A-6,
verwenden Logik zur Emulation des Paritatsbits, so dass kein echter Speicher vorhanden ist. In diesem
Fall kann der Hauptspeicher (,x8“) getestet werden, aber das Paritatsbit kann der RCT nicht testen, da
kein Speicher zum Testen vorhanden ist.

AL T L A e

LA
T T e e

Abbildung 3.9: SIMM mit Emulation des Paritatsbits
Ohne Adapter, kdnnen die Module auch anderweitig geeignet mit dem Tester verbunden werden.

() FyvuwyeovrevvyIVvRV

N\

-

N

Testing SIFPFP3G
Checkind: count+

SesEssammnw

MESEsE. mEamen we
!--i-:-!-m

-
! LIl LR
LAY

M= wwmms mmmAw mwl

< EEO0000000000000 >

Abbildung 3.10: SIPP-Adapter mit Breadboard

Der Sockel ist hierbei wie folgt belegt:

GND 52 |1 32| 21 v
AD 51 |2 311 22 DO
Al 50 |3 0] 23 D1
A2 49 |a 291 24 D2
A3 48 |5 23] 25 D3
A 47 |6 27| 26 Da
A5 46 | 7 26| 27 D5
A6 45 |8 25| 28 D6
A7 M |9 24| 29 D7
A8 43 |10 23] 30 /wr
A9 42 |1 22| 31 /Ras
A10 41 |12 21 32 Jcas
A1l 40 |13 20 33 Jcasp
39 |14 19| 34 DP{in)
33 |15 18] 35 QP (out)
37 |16 17| 36

Abbildung 3.11: Sockelbelegung bei SIMM/SIPP-Test
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Ein 30-poliges SIMM bzw. SIPP Modul ist wie folgt belegt:

Pin | Name Signal
1 VCC +5VDC
2 /ICAS Column Address Strobe
3 DQO Data 0
4 AO Address 0
5 A1 Address 1
6 DQ1 Data 1
7 A2 Address 2
8 A3 Address 3
9 VSS Ground
10 DQ2 Data 2
11 A4 Address 4
12 A5 Address 5
13 DQ3 Data 3
14 A6 Address 6
15 A7 Address 7
16 DQ4 Data 4
17 A8 Address 8
18 A9 Address 9
19 A10 Address 10
20 DQ5 Data 5
21 /WE Write Enable
22 VSS Ground
23 DQ6 Data 6
24 A11 Address 11
25 DQ7 Data 7
26 QpP* Data parity out
27 /IRAS Row Address Strobe
28 | /ICASP* | Parity Column Address Strobe
29 DP* Data parity in
30 VCC +5VDC

Abbildung 3.12: SIMM/SIPP Pinbelegung

Fir 256 kByte Module missen die Adressleitungen AO bis A8, die Datenleitungen D0-D7 sowie /CAS,
/RAS und /WE (bzw. /WR) miteinander verbunden werden.

Far 1 MByte Module mussen die Adressleitungen AO bis A9, die Datenleitungen DO-D7 sowie /CAS,
/RAS und /WE (bzw. /WR) miteinander verbunden werden.

Weiterhin sind Vcc mit 5V und GND mit Vss zu verbinden.

Es kdnnen ausschlieRlich 5V Module getestet werden. f
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IBM SIMMs

In folgenden Karten und Geraten wurden spezielle IBM SIMMs eingesetzt:

o “SCSI Controller with Cache” (auch bekannt unter dem Codenamen “Spock”)

e als Hauptspeicher in frihen PS/2 Maschinen, z.B. dem ISA-basierten Model 30-286 und dem
MCA-basierten 50/60 (nicht den neueren 50Z mit bereits 72-poligen SIMMs).

Diese SIMMs haben eine spezielle Pinbelegung, welche die Erkennung des eingesetzten SIMMs
zulasst:

Pin | Standard SIMM IBM SIMM

2 Data CAS Data & Parity CAS
24 Not Connected Presence Detect
26 Parity Data Out Presence Detect
28 Parity CAS Not Connected
29 Parity Data In Parity Data In/Out

Pin 24 Pin 26 Kapazitat

offen offen kein Modul eingesetzt

offen GND 512k x 9

GND offen 256k x 9

GND GND 1M x 9

Der Speicher (x8) kann mit der Standard-Testfunktion getestet werden.

Das Parity-Bit von 1Mb IBM SIMMs (1M x 1) kann im RCT ab Firmware v25 Beta 5 getestet werden:
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3.2.2 Testen von ZIP Speicher

Diese beiden Adapter erlauben es 16 pol. ZIP (64k x 1, 256k x 1) bzw. 20 pol. ZIP (64k x 4, 256k x 4,
1024k x 1, 1024k x 4) RAM zu testen.

Abbildung 3.13: Adapter fur ZIP

N sevsrse N AR

L -
R R B R N N oK)
"
Y W
[ 2w Vrotessional tev.\

O R N

Abbildung 3.14: Adapter im Sockel

Der Chip wird in seinem Adapter in den Tester eingesetzt. Durch Anwahl der korrekten Speichergrofie
wird der Test (,ZIP16 XXX* oder ,ZIP20 XXX*) gestartet.

Der ZIP-Sockel besteht entweder aus zwei 20-poligen Buchenleisten mit gedrehten Kontakten oder aus
einem geteilten 20-poligen IC-Sockel mit Federkontakten.

Der Sockel mit Federkontakten ist ggf. die bessere Wahl, da sich hier der Chip leichter wieder entfernen
I&sst. Der Socket wird hierzu einfach geteilt und die Seitenteile gegeneinander versetzt eingelétet.
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Der Sockel ist hierbei wie folgt belegt:

GND 32 |1 321 21 Vcc Din 52 |1 321 21 Voo
A0 51 | 2 31| 22 DO A0 51 | 2 31| 22 WR
Al 50 | 3 301 23 D1 Al 50 |3 30| 23 /RAS
A2 49 | 4 291 24 D2 A2 49 | 4 29] 24 Dout
A3 48 | 5 28] 25 A3 48 | 5 28] 25
Ad 47 | 6 271 26 Ad 47 | 6 27| 26
A5 48 | 7 26 27 A5 46 | 7 26| 27
A 45 | 8 251 28 D3 A 45 | 8 23] 28 Wss
A7 44 | 9 241 29 A7 44 | 9 241 29
AE 43 |10 23] 30 /wWR AZ 43 |10 23| 30 TF
A9 42 |11 22| 31 /RAS 42 111 22] 31 nc
41 |12 21| 32 /cAas 41 |12 21| 32 /cas
40 113 201 33 40 |13 201 33
fOE 39 |14 13] 34 A9 39 |14 193] 34
38 |15 18] 35 38 |15 18] 35
37 |16 17] 36 37 |16 17] 36

Abbildung 3.15: Sockelbelegung bei ZIP20 (256k/1024k x 4) und ZIP20 (1024k x 1)

JOE 52 |1 32] 21 Ve GND 52 |1 32| 21 Vec
nc 51 |2 31| 22 DO A0 51 |2 31| 22 Din
A6 50 |3 30 23 b1 Al 50 |3 30| 23 Dout
A5 49 |a 29| 24 D3 A2 49 |a 29| 24
A4 48 |5 28 25 A3 48 |5 28| 25
A7 47 |6 27| 26
A1 47 |6 27| 26
A3 46 |7 26| 27 as a5 | 7 2l 27
A2 45 | s 25| 28 Vss a5 a5 | s i
il ° 24 23 A7 44 |9 24| 29
S| 10 23| R As 43 |10 23| 30 /wR
42 111 22 31 /RAS 2 (11 22| 31 /RAS
41 |12 21 32 /CAS 1 |12 21| 32 Jcas
40 |13 201 33 a0 |13 20| 33
D2 39 |14 19| 34 39 |14 19| 32
38 |15 18] 35 38 |15 18| 35
37 |16 17| 36 37 |16 17| 36

Abbildung 3.16: Sockelbelegung bei ZIP20 (64k x 4) und ZIP16 (256k x 1)
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Als weitere Option ZIP-Speicher zu testen, existieren drei ZIP-to-DIP Adapter.

Abbildung 3.17: ZIP-to-DIP

Den ZIP-2-DIP Adapter gibt es in drei Varianten:

e flr 256k x 1 und 64k x 1 ZIP-Module,

e flr 64k x 4 und 1024k x 1 ZIP-Module,

o flir 256k x 4 und 1024k x 4 ZIP-Module.
Er ermdglicht ebenfalls das Testen von ZIP-Modulen, wie mit dem ZIP20- oder ZIP16-Adapter. Der
Unterschied besteht darin, dass die Standard-Testfunktionen fir DRAMs verwendet werden.
Aufgrund der Pinbelegung der Speicher im DIP-Gehause gibt es hierzu drei Adapter.
Das heildt, es kann z.B. ein 256k x 1 ZIP-Modul mit dem ZIP-to-DIP-Adapter ,256k x 1 / 64k x 1“ mit der
41256-Testfunktion getestet werden.

Der Adapter ist nicht dazu geeignet ein ZIP-Modul in einen DIP16/18/20-Sockel einzusetzen, da das
Rastermal® 15,24mm betragt. Dieser Adapter sollte aber auch mit anderen DRAM-Testern
funktionieren.
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3.2.3 Testen von 7481 bzw. 7484 bipolar SRAM

Es ist moglich das 7481 bzw. 7484 bipolar SRAM (16 Bit x 1) zu testen. Allerdings ist die Ansteuerung
nicht ganz trivial, hierfir wird ein spezieller Adapter bendtigt.

Abbildung 3.18: Adapter fur 7481 bzw. 7484

Selected (SEAMD
74817484 - 16 = 1

742817424 Adarter

Abbildung 3.19: Adapter im Sockel
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3.2.4 Testen von MK4008 und MK4006

Der beiden Speicherchips MK4008 und MK4006 (DRAM, 1024 x 1 Bit) von MOSTEK kénnen mit Hilfe
eines einfachen Adapters getestet werden. Der Adapter sorgt daflir, dass an Pin 9 bzw. Pin 10 die
Spannungsversorgung von -12V bzw. +5V eingespeist wird. Das 0V Potential wird intern durch einen
Spannungsteiler erzeugt.

Die Ausgange sind nicht TTL kompatibel und benétigen normalerweise einen Treiber. Dennoch kann
das IC wie folgt beschrieben getestet werden, wenn auch ein Erfolg nicht immer garantiert werden kann.

Als Adapter kann der spezielle Adapter fir den MK4008 verwendet werden oder der Breakout-Adapter.

Abbildung 3.21: MK4008 im Breakout-Adapter

Mit Adapter:

Die Spannungsversorgung wird direkt mit der 7pol. Sockelleiste verbunden. Zuerst die +5V, dann
die -12V.

Mit Breakout-Adapter:

Die Pins 1-8 und 11-16 (bezogen auf den 16-pol. IC) werden gejumpert. Pin 10 (rotes Kabel) wird mit
+5V (,5V* oder “[5V]* an der 7pol. Sockelleiste) und Pin 11 (gelbes Kabel) mit ,-12V* (auf der DC/DC-
Platine verfugbar) verbunden (in dieser Reihenfolge). Es muss ein zusatzlicher 10k Ohm Widerstand
an der rechten(!) Seite zwischen dem 5. Pin und 8. Pin gesteckt werden (nicht im Bild, Dout mit 10k
Ohm auf GND).

Aufgrund des einfachen Aufbaus kann aber grundsatzlich auch ein einfacher Sockel dazu umgebaut
werden.
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Zusatzlich wird ein 10k Ohm Widerstand als Pulldown verwendet. Dieser wird an Pin 12 (Dout) des ICs
in den ZIF-Sockel gesteckt und mit GND/Vss an der 7pol. Sockelleiste verbunden.

Ab der Firmware v.23 muss der Widerstand wie folgt an den Adapter gel6tet werden: An der rechten(!)
Seite wird zwischen den 5. Pin und 8. Pin ein 10k Ohm Widerstand gel6tet (von oben gezanhlt, siehe
Bild).

Abbildung 3.22: MK4008 Adapter (modifiziert)

Der aktuelle MK4008 Adapter hat den Widerstand bereits auf der Platine.
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3.2.5 Testen von Intel 2107 und kompatible DRAMs

Zum Testen des Intel 2107 und kompatiblen DRAMs wird der ,2107 Adapter” bendtigt. Dieser kann ab
der Firmware v.20 beta 4 verwendet werden. Der altere Test bis Firmware v.19 bendtigte keinen
Adapter, funktionierte erfahrungsgemaf aber nur mit dem Intel 2107C verlasslich.

Der Adapter darf ausschlielBlich mit dem entsprechenden Menleintrag ,2107 — 2107 Adapter®
verwenden. Mit dem ,alten“ Eintrag von Firmware v.19 kann der Adapter zerstort werden.

Abbildung 3.23: 2107 Adapter

Beim Testen mit dem Adapter gibt es nicht viel zu beachten. Es wird nur der zu testende IC eingesetzt
und der Adapter in den RCT.

Der Adapter wandelt das 5V CE Signal vom RCT in ein 12V CE Signal fur den Speicherchip um. Auf
keinen Fall der Adapter mit dem alten Test verwendet werden. Es wirden 12V an die Eingange des
7406 gelegt werden und diesen zerstdren. Der RCT oder Speicherchip kann dadurch keinen Schaden
nehmen.

Technischen Hintergrund:

Idealerweise wird der 2107 mit mehreren Bausteinen angesteuert. Die Erzeugung des CE erfolgt z.B.
mit einen Intel 8210 ,TTL zu MOS Level Schifter und High Voltage Clock Driver®, der auch gleich die
Signalpegel anpasst. Die Ein- und Ausgange werden uber je einen Intel 8212 gefuhrt.

r

Abbildung 3.24: Ansteuerung Intel 2107
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3.2.6 Testen von Intel D8155 und D8156

Es ist mdglich den Speicher des Intel D8155 bzw. D8156 (2048-bit Static RAM mit I/0 Ports und Timer)
mit Hilfe eines Adapters zu testen.

Abbildung 3.25: Adapter fur Intel D8155/D8156
Der Test wird mit folgender Einstallung gestartet:

e 81C50 fiur den Intel D8155 und
e 81C51 fir den Intel D8156.

3.2.7 Testen von Motorola MCM6605 und kompatible DRAMs

Zum Testen des MCM6605 und kompatiblen DRAMs wird der ,,6605 Adapter” bendtigt. Dieser kann ab
der Firmware v.24 beta 5 verwendet werden.

Abbildung 3.26: 6605 Adapter

Beim Testen mit dem Adapter gibt es nicht viel zu beachten. Es wird nur der zu testende IC eingesetzt
und der Adapter in den RCT. Der Adapter wandelt das 5V CE Signal vom RCT in ein 12V CE Signal fur
den Speicherchip um.
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3.2.8 Testen von Intel 1101

Der Intel 1101 (SRAM, 256 x 1 Bit) kann mit Hilfe eines einfachen Adapters getestet werden. Der
Adapter sorgt dafiir, dass an den Pins 4 und 8 die Spannungsversorgung von -9V und an Pin 5 die
Versorgungsspannung von +5V eingespeist wird.

cted C(SREHM?
om SEAM 1

Abbildung 3.27: Intel 1101 Adapter

Die Spannungsversorgung wird mit der 7pol. Sockelleiste verbunden. Zuerst GND/Vss, dann die -12V
mit dem DC/DC Board.

Zusatzlich muss noch eine ,custom definition” fir dieses SRAM installiert werden. Es existiert eine
Definition fir Dout und das invertierte Dout.
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3.29 Testen von TMS 4050 und TMS 4051

Es ist mdglich die Texas Instruments TMS 4050 und TMS 4051 (4096-bit Dynamic RAM) mit Hilfe eines
Adapters zu testen.

Abbildung 3.28: TMS 4050 / TMS 4051 Adapter

Zusatzlich muss noch eine ,custom definition” fir dieses DRAM installiert werden. Es existiert je eine
Definition fur den TMS 4050 und TMS 4051.

Zum Testen des TMS 4050 mussen beide Jumper nach ,unten” gesetzt werden, zum Testen des TMS
4051 mussen beide Jumper nach ,oben® gesetzt werden.
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3.2.10 Selbstdefinierte SRAM, DRAM und ROM Speicherbausteine

Es ist méglich zwolf SRAM, drei DRAM und drei ROM Bausteine selbst zu definieren und flr Tests zu
verwenden.

Hierzu muss der SRAM-Baustein in der Datei ,customsramX.txt“ (X=1, ..., 12 / Slot 1 bis 12) definiert
werden und der DRAM-Baustein in der Datei ,customdramX.txt* (X=1, ..., 3 / Slot 1 bis 3). ROM-
Bausteine werden in ,customromX.txt* (X=1, ..., 3 / Slot 1 bis 3) definiert. Die Dateien missen im
Hauptverzeichnis der SD-Speicherkarte abgelegt werden.

Nach dem Einschalten des Testers werden die Dateien eingelesen und im EEPROM dauerhaft abgelegt
(im Display erscheint kurz ,Custom SRAM®, ,Custom DRAM* bzw. ,Custom ROM®. Wurde die Datei
fehlerfrei eingelesen, wird die Endung zudem von ,txt* in ,old“ geandert, damit diese nicht noch einmal
eingelesen wird.

Die selbstdefinierten Speicherchips sind Gber das Meni ,CUSTOM® aufrufbar.

Die selbstdefinierten Speicherchips kénnen Uber das Konfigurationsmeni geléscht werden.

Die Konfigurationsdatei fir SRAMs (customsramX.txt) muss bzw. kann folgende Eintrage beinhalten:

Kommando | Beispiel Bemerkung

NAME: 2114 Name des Chips (max. 20 Zeichen)

DIP: 18 Anzahl der Pins (14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32)

SIZE: 1024 Anzahl der Speicherworte

FLAGS: 0 Spezie_lle Flags (1=DOUT_ inverse, 2=0E inverse,
4=WE inverse, 16=WR wird vor CS gesetzt)

A: 56,7,4,3,2,1,17, 16, 15 Adressbus (max. 24 Werte)

DIN: 14,13, 12, 11 Datenbus Eingabe (max. 16 Werte)

DOUT: 14,13, 12, 11 Datenbus Ausgabe (max. 16 Werte)

CS: 8 Chip Select (max. 4 Werte)

PCS: Positive Chip Select (max. 4 Werte)

WE: 10 Write Enable (1 Wert)

OE: Output Enable (1 Wert)

GND: 9 0V (max. 4 Werte)

VCC: 18 +5V (max. 4 Werte)

VDD: +12V (max. 4 Werte)

VBB: -5V(max. 4 Werte)

CREAD: AWcPo1DOCp Read Zyklus (max. 20 Zeichen)

CWRITE: ADOwcP1CpW Write Zyklus (max. 20 Zeichen)
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Die Konfigurationsdatei fur DRAMs (customdramX.txt) muss bzw. kann folgende Eintrage beinhalten:

Kommando | Beispiel Bemerkung

NAME: 4116 Name des Chips (max. 20 Zeichen)

DIP: 16 Anzahl der Pins (14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32)
SIZE: 16384 Anzahl der Speicherworte

PAGE: 128 Refresh Seitengrol3e

FLAGS: 0 ig\(/avzlizeillfvglzgf (1=DOUT inverse, 2=0E inverse,
ARAS: 5,7,6,12,11, 10, 13 Adressbus ROWs (max. 12 Werte)

ACAS: 5,7,6,12,11, 10, 13 Adressbus COLUMNSs (max. 12 Werte)

RAS: 4 Adressbus ROWSs select

CAS: 15 Adressbus COLUMNSs select

DIN: 2 Datenbus Eingabe (max. 16 Werte)

DOUT: 14 Datenbus Ausgabe (max. 16 Werte)

WE: 3 Write Enable (max. 4 Werte)

OE: Output Enable (max. 4 Werte)

GND: 16 0V (max. 4 Werte)

VCC: 9 +5V (max. 4 Werte)

VDD: +12V (max. 4 Werte)

VBB: 1 -5V(max. 4 Werte)

© 2019-2025 http://8bit-museum.de
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Die Konfigurationsdatei fur ROMs (customromX.txt) muss bzw. kann folgende Eintrage beinhalten:

Kommando | Beispiel Bemerkung

NAME: 27128 Name des Chips (max. 20 Zeichen)

DIP: 28 Anzahl der Pins (14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32)

SIZE: 16384 Anzahl der Speicherworte

FLAGS: 0 Spezie!le Flags (1=DOUT .inverse, 2=0E inverse,
4=WE inverse, 8="1‘-padding)

A: ;? 2382722 5.4,3,25 24, Adressbus (max. 20 Werte)

DIN: 11,12,13, 15,16, 17, 18,19 | Daterbus Eingabe (max. 16 Werte), nicht

DOUT: 11,12, 13, 15,16, 17, 18, 19 Datenbus Ausgabe (max. 16 Werte)

Cs: 20 Chip Select (max. 4 Werte)

PCS: Positive Chip Select (max. 4 Werte)

OE: 22 Output Enable (max. 4 Werte)

GND: 14 0V (max. 4 Werte)

VCC: 1,27, 28 +5V (max. 4 Werte)

VDD: +12V (max. 4 Werte)

VBB: -5V(max. 4 Werte)

CREAD: AWcPo1DOCp Read Zyklus (max. 20 Zeichen)

Spezielle Flags (,FLAGS:):

Bit n Wert Bit nicht gesetzt Bit gesetzt Bemerkung
0 =1 Dout normal Dout invertiert
1 = OE ,low active® (/OE) OE ,high active® (OE)
2 =4 WE ,low active* (/WE) | WE ,high active® (/WE)
3 = ,0“-padding »1“-padding nur ROMs kleiner 8 Bit
4 =16 WE nach CS WE vor CS nur SRAM
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Der Speicherchip wird generisch angesprochen, d.h. ein SRAM sollte sich wie ein Standard SRAM (z.B.
ein 6116) verhalten, ebenso sollte sich ein DRAM wie ein Standard DRAM (z.B. ein 4164) verhalten. Da
keinerlei Optimierungen verwendet werden dauert ein solcher Test ca. 3-4x so lange, wie ein
vergleichbarer interner Test. Auch kdénnen keinerlei Vorgaben an Timings gemacht werden. Es ist also
nicht garantiert, dass ein so definierter Chip auch tatsachlich getestet werden.

Wird ein fehlerfreies Testergebnis angezeigt, so ist der Chip vermutlich in Ordnung (zumindest, wenn
dieser extrem langsam angesprochen wird).

Schlagt der Test fehl und besitzt man keinen Speicherchip, der damit bereits erfolgreich positiv getestet
wurde, kann der Chip defekt sein, er muss es aber nicht und das negative Testergebnis kommt dadurch
zustande, dass der Chip sich nicht mit dem generischen Test vertragt.

Beispielkonfiguration eines 2114 SRAM (customsram1.txt):

name: 2114 1k x 4 example

dip: 18

size: 1024

flags: O

a: 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1, 17, 16, 15
din: 14, 13, 12, 11
dout: 14, 13, 12, 11
cs: 8

pcs:

we: 10

oe:

gnd: 9

vCce: 18

vdd:

vbb:

Beispielkonfiguration eines 4116 DRAM (customdram1.txt):

name: 4116 16k x 1 example
dip: 16

size: 16384

page: 128

flags: O

aras:
acas:
din:

5,67, 6, 12, 11, 10, 13

5

2
dout: 14

4

1

3

14
, 7, 6, 12, 11, 10, 13

ras:
cas:
we
oe:

gnd: 1
vCcC: 9
vdd: 8
vbb: 1
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Falls die generischen Schreib-/Lesezyklen mit einem IC nicht kompatibel sind, z.B. wenn die Adresse
und Daten getaktet abgelegt werden mussen, kénnen diese mit den Befehlen CREAD und CWRITE
selbst definiert werden. Diese Definition erlaubt kein genaues Timing und ist gegentber der ,normalen®
Tests sehr langsam. Aus diesem Grund ist diese Definition auch nur bei SRAMs und ROMs mdglich.

Von den Flags werden nur ,DOUT inverse“ und ,‘1‘-padding” beachtet.

Zeichen Bedeutung (CREAD und CWRITE)

A Anlegen der unteren Adresse (Adressbreite wie in “a:” definiert)
a Anlegen der oberen Adresse (Adressbreite wie in “a:” definiert)3
D Schreiben der Daten (CWRITE), Lesen der Daten (CREAD)

Cc alle CS auf HIGH
c alle CS auf LOW

P alle PCS auf HIGH
p alle PCS auf LOW

W WE auf HIGH

w WE auf LOW

O OE auf HIGH

o} OE auf LOW

1.4 Verzégerung von 60/120/180/240ns

3 z.B. verwendet bei RCA CDP1831 und CDP1833




Retro Chip Tester Pro Seite 58 © 2019-2025 http://8bit-museum.de

3.3 Problematische Speicherbausteine

In diesem Kapitel werden einige ,problematische” Speicherbausteine beschrieben und Mdglichkeiten
vorgestellt, wie diese geprift werden kdnnen. Es gibt aber keine Garantie, dass diese ,Workarounds®
immer funktionieren. Aufgrund der Flexibilitdt die der Tester besitzt, muss man diese (geringen)
Einschrankungen leider in Kauf nehmen.

3.3.1 Testen von alteren DRAMs

I.d.R. kénnen alle DRAMs problemlos getestet werden. Leider gibt es einige wenige DRAMs,
hauptsachlich der Typen 2104er (4k x 1), 4116 (16k x 1), 3732 (32k x 1), 4164 (64k x 1), 4416 (16k x 4)
und teilweise 4464 (64k x 4), bei denen ein Test teilweise direkt am Anfang (an Adresse ,0“) und kurz
darauf mit einem Fehler abbricht (oder die erst gar nicht erkannt werden). Hier gibt es mehrere
Maoglichkeiten, warum ein Test nicht durchgeflihrt werden kann, aber auch entsprechend viele
Lésungen:

1. Einige Typen haben einen erhéhte Stromaufnahme die mit einem Blockkondensator abgefangen
werden muss (meistens >500mW). Hierzu einen 100 nF Kondensator zwischen Vcc und Vss mit
in den Sockel klemmen. Bei einem 4116 sind dieses Pin 9 (Vcc) und Pin 16 (Vss). Bei einem
4164 sind dieses Pin 8 (Vcc) und Pin 16 (Vss).

Hierfur kann auch der Entkopplungsadapter (siehe Kapitel 3.3.4) verwendet werden (den
entsprechenden Jumper setzen) oder der ,on-board“ Entkopplungskondensator.

2. Durch die erhodhte Stromaufnahme fallt an den Transistoren eine héhere Spannung ab, so dass
gerade im Einschaltmoment die Versorgungsspannung stark abfallt (ein einfacher
Blockkondensator reicht hier nicht mehr). In diesem Fall Vcc des ICs mit Vce (5V) an der oberen
Sockelleiste verbinden.

3. Einige altere DRAMs bendtigen Pullups an den Datenleitungen, damit die Signalpegel
ausreichend sind. Hierzu in der Konfiguration die standardmafRig ausgeschalteten Pullups
probeweise einschalten (Config - ,DRAM Pullup: 1%.)

Werden DRAMSs der 0.g. Typen getestet, kann wie folgt vorgegangen werden:

Zunachst die DRAMs ohne Entkopplungskondensator testen. Werden diese als OK getestet, dann sind
diese bzgl. ihres Verhaltens als ,sehr gut® zu klassifizieren. Die ICs, die ohne Entkopplungskondensator
als defekt getestet wurden, werden anschlieRend noch einmal mit Entkopplungskondensator getestet.
Die ICs, die so als OK getestet wurden, sind im Rahmen der Spezifikation ebenfalls i.O., besitzen aber
héhere Einschaltstrome oder erzeugen aufgrund von Stromspitzen Stérungen auf der Vcc Leitung. Alle
ICs, die auch mit Entkopplungskondensator als defekt getestet wurden, sollten aussortiert werden.
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3.3.2 Testen von ICs mit einer erhohten Stromaufnahme

Der Tester ist in der Lage ICs mit einer Peak-Leistungsaufnahme von 1 Watt (und mehr) zu testen. Bei
einigen wenigen ICs (vor allem bei ICs mit Alterungserscheinungen) tritt aber gerade zu Anfang ein
erhdhter Strombedarf auf, der zu Stérungen flhren kann.

Sollte bei einem alteren IC direkt am Anfang (Adresse 0) der Test mit einem Fehler beendet werden
oder der IC im Sockel erst gar nicht erkannt werden, dann kdnnen folgende Malinahmen ggf. helfen:

e Hinzufugen eines 100nF Kondensators (Blockkondensator) zwischen GND und Vcc (zusammen
mit dem IC in den Sockel klemmen). Dieses Uberbrickt die plétzlich abfallende Spannung.

e Verbinden von Vcc und/oder GND direkt mit der Spannungsversorgung des Testers (Sockel
zwischen Display und DC/DC-Modul). Dieses verhindert einen erhéhten Spannungsabfall an
den Transistoren aufgrund eines erhdhten Strombedarfs.

I.d.R. sollte der zusatzliche Kondensator ausreichen. In alten Schaltungen sind diese
Blockkondensatoren an jedem IC zu finden. Leider kann aufgrund der unterschiedlichen Pinbelegung
der zu testenden ICs ein solcher Kondensator nicht grundsatzlich eingebaut werden.

Sollte auch mit diesen MalRnahmen der Test nicht durchlaufen, sollte der IC nicht mehr verwendet
werden.

3.3.3 Testen der Ausgangstreiber von ICs

Bei alteren ICs kann es vorkommen, dass die Ausgangstreiber nicht mehr in der Lage sind den im
Datenblatt angegeben Strom zu liefern (oft zwischen 5 - 20mA). In einem realen System treten dann
Fehler auf, da der Ausgang nicht mehr den benétigten Strom liefern kann. Im Tester kann dieser
Baustein als fehlerfrei getestet werden, da die Ausgange durch die (MOS) Eingange der MPU quasi
nicht belastet werden (nur ein paar uA - spannungsgesteuert).

Wer die Ausgange unter Last testen will, muss einen externen Widerstand anlegen. Dieses kann
bequem durch den Breakout-Adapter geschehen oder durch einklemmen eines entsprechenden
Widerstands im ZIF-Sockel.

Abbildung 3.29: Lastwiderstand

Der im Bild gezeigte NEC uPD4164 sollte 5mA liefern kdnnen. Ein 1k Ohm Widerstand belastet den
Ausgang mit ca. 5SmA. Der Test sollte bei funktionsfahigen Ausgangstreibern weiterhin fehlerfrei
durchlaufen.

Soll der Ausgang mit 10mA belastet werden, kann ein 470 Ohm Widerstand verwendet werden. Bitte
das Datenblatt konsultieren, wie hoch der Ausgangsstrom maximal sein darf, damit der Baustein nicht
beschadigt wird.
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3.3.4 Verwenden des Entkopplungsadapters (Decoupling Adapter)

Einige DRAMs haben einen erhohte Stromaufnahme die mit einem Blockkondensator abgefangen
werden muss. Hierzu kann ein 100 nF Kondensator zwischen Vcc und Vss mit in den Sockel geklemmt
werden. Anstatt einen 100 nF Kondensator zwischen Vcc und Vss in den Sockel einzuklemmen, kann
der Entkopplungsadapter verwenden werden.

Abbildung 3.30: Entkopplungsadapters

Normalerweise wird dieser Adapter nicht bendtigt, da Vcc zuverlassig zur Verfugung steht. Wenn ein
DRAM einen erhéhten Stromverbrauch hat (meist > 500mW) und ein Test sofort fehlschlagt, kann dieser
Adapter verwenden werden.

Dieser Adapter kann u.a. mit folgenden ICs verwendet werden:

Gehduse | Vcc Pin* | Jumper | Unterstiitzte ICs (und andere mit gleicher Pinbelegung)
DIP16 9 JP1 DRAMs, wie 4116, 4108, 2108, 2104

DIP16 8 JP2 DRAMSs, wie 4816, 4164, 3732, 4128, 41256
SRAMs, wie 3101, 2112

SRAMs, wie 6561 (DIP18(!))

und die meisten Logik-ICs

DIP18 9 JP3 DRAMs, wie 4408, 4416, 4464, 41000
SRAMs, wie 74¢910, 6518, 2114
und die meisten Logik-ICs

DIP20 10 JP4 DRAMSs, wie 44256, 44400
SRAMs, wie 4047
und die meisten Logik-ICs

Abbildung 3.31: Unterstitzte ICs

Der Entkopplungskondensator kann natirlich auch bei vielen SRAMs und Logik-ICs im DIP16, DIP18
und DIP20 Gehause verwendet werden, auch wenn es hier nicht explizit notwendig ist.

Das Board Rev.1.2k hat die gleichen Jumper neben dem ZIF-Sockel, so dass diese anstelle des
Entkopplungsadapters verwendet werden kénnen.

4 Vss bei SRAMs und Logik-ICs
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Der Entkopplungskondensator kann Uber vier Jumper eingestellt werden:

EQ#I./‘~O~ ABL6/N108"

41000 | 432%6

Abbildung 3.32: Jumper

Die 1x03-Stiftleiste wird verwendet, um den IC direkt mit Strom zu versorgen. Wenn ein IC viel Strom
bendtigt, kann er direkt mit dem Socket (zwischen DC/DC-Modul und Display) verbunden werden. Der
mittlere Stift kann abgeschnitten oder entfernen werden (er ist nicht angeschlossen).

J4 kann dafur verwendet werden, um Vcc (links) und Vss (rechts) zu injizieren, wenn ein IC hohen Strom
bendtigt. Dies scheint bei den bereits getesteten ICs nicht notwendig zu sein, aber die Platine ist
zumindest dafur vorbereitet (die Transistoren kdnnen so umgangen werden und die Power-Pins des ICs
direkt mit der Strombuchse zwischen dem DC/DC-Modul und der Anzeige verbunden werden).
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3.3.5 Verwenden des ,,on-board“ Entkopplungskondensators (ab Rev.1.2k)

Direkt neben dem ZIF-Sockel befinden sich drei Stiftleisten mit denen ein 100nF Entkopplungs-
kondensator bei DRAM-Tests zugeschaltet werden kann.

. 2104/2108
4108/4116

% T
%016 431

Abbildung 3.33: ,on-board“ Entkopplungskondensator

Die unterstitzen ICs sind dieselben wie beim Entkopplungsadapter:

Gehause

Vcc Pin®

Jumper

Unterstiitzte ICs (und andere mit gleicher Pinbelegung)

DIP16

9

JP5

DRAMs, wie 4116, 4108, 2108, 2104

DIP16

8

JP6 links

DRAMs, wie 4816, 4164, 3732, 4128, 41256
SRAMs, wie 74¢910, 3101, 2112

SRAMs, wie 6561 (DIP18(!))

und die meisten Logik-ICs

DIP18

JP6 rechts

DRAMs, wie 4408, 4416, 4464, 41000
SRAMs, wie 6518, 2114
und die meisten Logik-ICs

DIP20

10

JP7

DRAMs, wie 44256, 44400
SRAMs, wie 4047, 2114
und die meisten Logik-ICs

Abbildung 3.34: Unterstltzte ICs

Der Entkopplungskondensator kann natirlich auch bei vielen SRAMs und Logik-ICs im DIP16, DIP18
und DIP20 Gehause verwendet werden, auch wenn es hier nicht explizit notwendig ist.

5Vss bei SRAMs und Logik-ICs
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3.3.6 Testen von ITT4027 (und ggf. kompatible SRAMs)

Der Speicherbaustein ITT4027 (und vermutlich auch alle kompatiblen und von der Stromaufnahme her
vergleichbaren SRAMs) kénnen Probleme mit der geschalteten Spannung Vss haben.

Um diese Bausteine zu testen, muss Pin 16 (Vss) direkt mit Vss/GND verbunden werden. Hierzu Pin 16
mit Vss an der 7pol. Pfostenleiste verbinden.

Abbildung 3.35: Testen des ITT4027

Alternativ kann ein (Folien-)Kondensator von 100nF zwischen Vss (Pin 16) und Vcc (Pin 9) geklemmt
werden (Entkopplungskondensator) aufgrund der hohen Stromaufnahme.
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3.3.7 Testen von SIMM/SIPP Modulen

Der Tester kann SIMM/SIPP Module testen. Hier ist aber die maximale Stromaufnahme der Module zu
beachten. Der Tester liefert maximal bis zu ca. 300-400mA. Sofern die maximale Stromaufnahme der
Module ungeféhr in diesen Grenzen bleibt, sollten diese testbar sein.

Abbildung 3.36: SIMM 30 (9 ICs)

Die folgenden Datenblatter zeigen in etwa wo die Grenzen liegen:

Operating Current* E:mgg:ggg: ; | - ggg m:
RAS, CAS, Add i =min. . cot -
(RAS, CAS, ress Cycling @ tac=min ) KMM594000A.10 = | Jes m

Das Modul (mit neun ICs) ist nicht mehr verlasslich testbar (bei den Werten handelt es sich um maximale
Werte, die tatsachliche Stromaufnahme liegt niedriger). Es gilt: Je schneller das Modul und je mehr ICs,
desto héher die Stromaufnahme.

Das folgende Modul (mit drei ICs) ist testbar:

Operating Current * | KMM594100AN -5 | lcc - 305 | mA

(RAS, TAT, Address cycling @tRC=min.} KMM594100AN - 6 - 275 mA |
! | KMM594100AN -7 . 245 | mA l
; | KMM594100AN - 8 | - 215 . mA

3.3.8 DRAMs aus russischer bzw. osteuropaischer Fertigung

Sollten Speichertests von DRAMs aus russischer bzw. osteuropaischer Fertigung haufig fehlschlagen,
kénnte es an zu geringen Spannungspegeln fir ein logisch High aufgrund des Alters der Bausteine
liegen. Hierzu kdnnen die Pullup-Widerstande fur DRAMs in der Konfiguration probeweise eingeschaltet
werden. Damit wird der High-Pegel etwas angehoben, so dass der Test ggf. positiv durchlauft.

Jedoch sollte hierbei beachtet werden, dass, wenn diese Chips noch in einem Computer verwendet
werden, der Pegel vermutlich auch dort zu niedrig oder zumindest ,hart an der Grenze® ist. Eine
verlassliche Funktion Gber einen langeren Zeitraum ist hier vermutlich nicht mehr gegeben.
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3.4 Testen von ROM, PROM, EPROM oder EEPROM

Der Retro Chip Tester kann eine Vielzahl von ROMs, PROMs, EPROMs und EEPROMSs testen bzw.
auslesen. Das Testen beruht darauf, dass Uber den Inhalt eine CRC32 gebildet wird, die man mit einer
bereits bekannten Prifsumme vergleichen kann. Ist diese in der internen Datenbank vorhanden so wird
der Inhalt direkt angezeigt. Ist eine SD-Speicherkarte angeschlossen, kann der Inhalt auch ausgelesen
und gespeichert werden.

Bei der Auswahl des Speicherchips werden einige Zusatzinformationen im Display angezeigt:

1 CEPROM2

a1 Ll 2

Abbildung 3.37: EPROM 2708

In der vierten Zeile werden i.d.R. Infos zur Spannungsversorgung angezeigt. Beim EPROM 2708 sind
dieses Vss, Vcc, Vbb und Vdd. Da die Grdlie des Displays begrenzt ist, werden hier nur Vdd (12V an
Pin 19) und Vbb (-5V an Pin 21) angezeigt.

Bei einigen EPROMSs, z.B. dem 2764, werden wahrend des Tests zusatzlich besondere Beschaltungen
angezeigt, z.B. Vcc an Pin 1 (Vpp) und Vcc an Pin 27 (/PGM).

Im Fortschrittsbalken werden leere ,Blocke (1 Block = 1/16 des Gesamtspeichers eines Chips) mit
einem leeren Block angezeigt. So kann man schnell erkennen, ob ein Speicher z.B. halb leer ist.

Eine Speicherzelle wird als ,leer” angesehen, wenn der Inhalt OxFF (oder OxF) ist. Das gilt auch flr
bipolare PROMs, die standardmafig 0x00 beinhalten.



Retro Chip Tester Pro Seite 66 © 2019-2025 http://8bit-museum.de

3.4.1 Identifizieren von Inhalten

Wird ein ROM, PROM, EPROM oder EEPROM eingelegt, kann eine CRC32 berechnet werden. Damit
I&sst sich feststellen, ob der Inhalt grundsatzlich noch korrekt gelesen werden kann. Seit der Firmware
v19 wird die Datenbank auf der SD Karte abgelegt.

culating __lh

447-18 (F1@:
C har' LBas
r- I

Cal
Q1
FET
A9ai

Abbildung 3.38: 2316 ROM erkannt als ,901447-10“ fir den Commodore PET

Sollte bei einem ROM die CRC32 bekannt sein, wird dessen Bezeichnung ausgegeben, ansonsten die
berechnete CRC32. Wird eine CRC32 ausgegeben, sollte der Test mehrmals wiederholt werden. Andert
sich dabei die CRC32 mehrmals, ist der Chip mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt oder die
Versorgungsspannung zu gering. In diesem Fall den Tester probeweise per Hohlstecker mit Spannung
versorgen.

Ab Firmware v.27 ist diese Funktion verbessert:

Enthalt die Datenbank mehrere Eintrage zu einer CRC32, weil der Baustein in verschiedenen Systemen
verwendet wurde, zeigt der RCT nun alle Treffer an. Fir die CRC32 0xe47045f4 werden somit
beispielsweise folgende Eintrdge angezeigt werden:

342-0132-c.e12;Apple //c
342-0132-c.e12;Apple //c (Original-Speichererweiterung)
342-0132-c.e12;Apple //c (UniDisk 3.5)
342-0132-c.e12;Apple //lc (Rev. 4)
342-0132-c.e12;Apple //e
342-0132-c.e12;Franklin ACE 2200
342-0132-c.e12;Franklin ACE 500
342-0132-c.e12;Laser 128
342-0132-c.e12;Laser 128 (Original-Hardware)
342-0132-c.e12;Laser 128ex (Version 4.5)
342-0132-c.e12;Laser 128ex2 (Version 6.1)
342-0132-c.e12;Mikroprofessor I
342-0132-c.e12;Pravetz 8C
342-0132-c.e12;Spectrum ED
342-0132-c.e12;TK3000//e

Dricken Sie die ,beliebige“ Taste, um den nachsten Eintrag anzuzeigen, und ,TOP*, um den Vorgang
zu beenden. Alle Eintrage werden auch in der zusatzlichen Textdatei auf der SD-Karte gespeichert,
wenn der Inhalt gesichert wird.

darlber (ab 128k x 8), ist extrem langsam. Die Méglichkeit wurde eingebaut, um in seltenen

f Die Berechnung der CRC32 Uber grolte Speicherbausteine, wie z.B. 271000 / 231000 und
Fallen eine Checksumme ermitteln zu konnen, nicht um Serientests damit durchzufiinren.
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3.4.2 Auslesen von ROM, PROM, EPROM oder EEPROMs

Mit einem geeigneten Micro-SD Kartenadapter kdnnen Speicherbausteine auch ausgelesen werden.

Hierzu muss in der Konfiguration die Unterstutzung fur SD-Karten eingeschaltet werden (“SD Card: 17)
und der Micro-SD Kartenadapter muss mit dem Chip-Tester verbunden werden. Die Konfiguration ist in
Kap. 5 beschrieben.

Wird bei eingeschalteter Unterstitzung...

... die OK Taste lang gedriickt, so wird der Inhalt des Speicherbausteins in die Datei <crc32>.bin
geschrieben. Ist das ROM bekannt, wird eine weitere Datei <crc32>.txt erstellt, die eine
Beschreibung zum Speicherbaustein enthalt.

Beispiel: PET Character ROM fir Basic 3 und 4

Es werden zwei Dateien erzeugt:

| d8408674.bin
[ dB408674.tct

Der Inhalt der Text-Datei lautet:

18408674t E3 l

901447-10 (FL10)
2  PET Char (Bas 3/4)

. die OK Taste kurz gedriickt, wird die nur die CRC32 berechnet und ggf. der erkannte
Speicherbaustein angezeigt.

Besitzt ein Speicher weniger als 8-Bit Datenbusbreite, wird standardmaflig mit ,0° gepaddet. In der
Konfiguration kann das Padding auf ,1° geschaltet werden. Das Padding wird in die CRC32 Berechnung
mit einbezogen.

Download unter: https://www.sdcard.org/downloads/formatter/

Da der Tester Uber keine Echtzeituhr verfugt, wird standardmafig kein Dateidatum gesetzt.

Es gibt jedoch die Mdglichkeit ein Datum mit Uhrzeit vorzugeben, indem man auf der SD-

Karte eine Datei datetime.txt anlegt. Wird der Tester eingeschaltet (bzw. nach einem
Reset), werden Datum und Uhrzeit dieser Datei beim Anlegen von weiteren Dateien verwendet.

Die Speicherkarte muss FAT16 oder FAT32 formatiert sein. Falls sie nicht erkannt wird, ggf.
einmal mit dem SD Memory Card Formatter der SD Association formatieren.


https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
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3.4.3 VergroBern der internen ROM-Datenbank

Der Chip Tester besitzt eine interne Datenbank mit einigen ROMs. Diese Liste kann Uber eine externe
Datei auf der SD-Speicherkarte erweitert werden.

Die Datei muss den Namen ,customcrc32.txt“ tragen und wie folgt aufgebaut sein:

; Das ist ein Kommentar
<crc32>; <rom name>; <rom description>

Als Beispiel:
0xd8408674;901447-10 (F10);PET Char (Bas 3/4)

Die CRC32 muss den Prefix ,0x“ besitzen. Es werden nur jeweils die ersten 40 Zeichen beachtet, von
denen nur die ersten 20 Zeichen auf dem Display angezeigt werden kénnen.

Damit die Datenbank schnell durchsucht werden kann, muss mit dem beiliegenden Compiler
(customcrc32.exe) eine Indexdatei (customidx32.bin) erstellt werden, die zusammen mit der Datenbank
auf der SD-Speicherkarte abgelegt wird.

3.4.4 Verwenden von vorbereiteten Datenbanken
Es gibt bereits einige vorbereitete Datenbanken zum Download:

Ced Carts (2020-12-26)

Full List (2022-02-23)

Game Carts (2021-08-05)

Index Compiler (Winbd)

MAME 0.233 full list (2021-07-23)
MAME 0.233 no duplicates (2021-07-23)
MES Carts (2017-08-21)

PinMAME 3.3b (2021-01-01)
Synthesizer ROMs CRC32 (2020-11-08)

Die umfangreichste Datenbank ist die ,Full List* mit ca. 400.000 Eintragen, die alle anderen
Datenbanken beinhaltet. Es spricht im Grunde nichts dagegen grundsatzlich diese Datenbank zu
verwenden, man sollte aber einen Nachteil des CRC32-Verfahrens nicht vergessen: Es kdnnen
Kollisionen auftreten, d.h. ROMs mit unterschiedlichem Inhalt kbnnen durchaus dieselbe CRC32
Prifsumme aufweisen. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei etwa 1:10.000. Wer nur mit Synthesizer ROMs
arbeitet, sollte lieber die spezialisierte Datenbank verwenden, die mit nur 2000 Eintrédgen die
Wahrscheinlichkeit einer Kollision auf etwa 1:2.000.000 reduziert.

Hat man sich fir eine Datenbank entschieden, werden die beiden Dateien
customcrc32.txt und customidx32.bin

einfach in das Hauptverzeichnis der SD-Karte kopiert. Beim nachsten Lesen eines ROMs (kurzer Druck
auf OK) oder Speichern eines ROMs (langer Druck auf OK), wird der Inhalt anhand dieser Datenbank
identifiziert.
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Hinweis:

Einige ROMs werden von mehreren Systemen verwendet, z.B. wird folgendes Keyboard-
ROM in 15 Systemen verwendet (aus ,MAME x.xxx full list):

e (0xed47045f4;342-0132-c.el2;Apple //c

o (0xed47045f4;342-0132-c.el2;Apple //c (Original Memory Expansion)
o (0xed7045f4;342-0132-c.el2;Apple //c (UniDisk 3.5)

o (0xed7045f4;342-0132-c.el2;Apple //c (rev 4)

o (0xed7045f4;342-0132-c.el2;Apple //e

o 0xed7045f4;342-0132-c.el2;Franklin ACE 2200

o 0xed7045f4;342-0132-c.el2;Franklin ACE 500

o 0xed7045f4;342-0132-c.el2;Laser 128

e (0xed7045f4;342-0132-c.el2;Laser 128 (original hardware)
o (0xed7045f4;342-0132-c.el2;Laser 128ex (version 4.5)

o (0xed7045f4;342-0132-c.el2;Laser 128ex?2 (version 6.1)

e 0xed47045f4;342-0132-c.el2;Microprofessor III

e (0xed7045f4;342-0132-c.el2;Pravetz 8C

e 0xed7045f4;342-0132-c.el2;Spectrum ED

o (0xe47045f4;342-0132-c.el2;TK3000//e

Der RCT kann nur einen Eintrag anzeigen und zeigt den ersten gefundenen Eintrag an (in der
grolRenoptimierten Liste ,Full list* wurde doppelte Eintrage bereits entfernt).

Ein 342-0132-c.e12 ROM aus einem ,Laser 128" kann somit als ,,Apple lIc* angezeigt werden (der
Inhalt ist identisch, da gleiche CRC32). Wer sich unsicher ist, sollte die CRC32 noch einmal mit Hilfe
eines Texteditors in der ,MAME x.xxx full list* suchen und nachsehen, welche Systeme dieses ROM
tatsachlich verwenden.

Ein weiterer Hinweis:

Es wird eine CRC32 verwendet, die nicht vergleichbar mit einem Hash ist, wie z.B. SHA1 oder SHA256.
Die Wahrscheinlichkeit einer Kollision ist zwar gering, bei 400000 Eintragen ist es aber durchaus sehr
wahrscheinlich, dass eine CRC32 verschiedene Inhalte beschreibt. Fir Mathematiker: Ab 77163
Eintrégen liegt die Wahrscheinlichkeit einer Kollision bei 50%.
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3.4.5 Besonderheiten beim Auslesen von ROMs und PROMs

Beim Auslesen von ROMs ist eine Besonderheit zu beachten: Bei den Signalen ,Chip Select®, ,Chip
Enable“ und ,Output Enable” Signale kann bei der Herstellung festgelegt werden, ob diese Low-Aktiv
oder High-Aktiv sein sollen. Dieses hat natirlich Auswirkungen, wenn der auszulesende Chip den
erwarteten Signalpegel nicht verwendet. Der Chip Tester unterstiitzt die haufigsten vorkommenden

Signalpegelkombinationen:

ROM Typ | Pin - Signal aktiv | zum Beispiel verwendet in
2308 -1k x 8 A 18 — /CS2* low
20 -/CS1 low
B 18 — /CS2* low
20 - CS1 high
C Autodetect high/low
2316 -2k x 8 A 18 — /CS2* low Commodore
20 - /CS1* low
21 - CS3* high
B 18 — CS2* high Apple I
20 - /CS1* low
21 -/CS3* low
C Autodetect high/low
2332 -4k x 8 A 20 -/CS1* low Acorn Atom
21 -CS2* high Commodore CBM, C64
B 20 -/CS1* low TI 99/4A
21 -/CS2* low Sinclair ZX80
C 20 -CSs1* high Gottlieb Pinball Machines
21 -CSs2* high
D Autodetect high/low
2364(24) - 8k x 8 A 20 - /CS* low Commodore 1541, VC20
Atari 400/800, DAI
EACA Video Genie
Sinclair ZX81, Vtech VZ 200
B 20 - Cs* high
C Autodetect high/low
2364(28) -8k x 8 A 20 -/CE low VEB Robotron KC87/KC85
22 - /OE low Apple Lisa, CoCo 2
26 — CS2 high Vtech VZ 300
27 - CS1 high (Memotech MTX)
B Autodetect high/low
23128 - 16k x 8 A 20 - /CS2* low Commodore 16/116, Plus/4
22 —/CS1* low Commodore C64/C128
27 — CS3* high BBC B, Matra Alice 32, Oric |
B 20 - /CS2* low Sinclair ZX Spectrum
22 —/CS1* low BBC B, Dragon 32/64
27 - /CS3* low
C 20 - CSs2* high Sinclair QL
22 - OE* high
27 — /CS3* low
D Autodetect high/low
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ROM Typ | Pin - Signal aktiv | zum Beispiel verwendet in
23256 - 32k x 8 A 20 - /CE* low Amstrad CPC, Atari ST
22 — |OE* low Commodore C128
Enterprise 64, CoCo 3
B 20 - /CE* low Sinclair QL
22 - OE* high
C Autodetect high/low
23512 - 64k x 8 20 - /CE low
22 - /|OE low
231000 - 128k x 8 20 - /OE* low
232000 - 256k x 8 22 - ICE low
24 — |OE low
234000 - 512k x 8 22 - ICE low
24 — |OE low
6540 - 2k x 8 2-/CS5 low Commodore PET
3-/CS4 low
4 - /CS3 low
17 - CS1 high
27 - CS2 high

*) Signal (High- oder Low-Aktiv) programmierbar

Werden bipolare (P)ROMs ausgelesen, ist zu beachten, dass der Chip Tester die ausgelesenen Daten
nicht bearbeitet und so abgelegt, wie sie ausgelesen wurden. Das ist insofern wichtig, wenn diese dazu
verwendet werden sollen ein neues PROM zu programmieren, da die Daten bei einigen PROMSs hierfur
invertiert vorliegen muissen. |.d.R. sollte die Software des Programmierers dieses regeln.

Da einige (P)ROMs uber Open Collector Ausgénge verfiigen, sollte sichergestellt sein, dass fur diese
Typen die Pull-ups aktiviert (Standard) sind.

Bei 4-bittigen Speicher, werden die vier Bit in den unteren vier Bits eines Bytes abgelegt. Wird also ein
PROM mit 256x4 Bit ausgelesen, wird auf der SD-Speicherkarte eine Datei mit 256 Byte abgelegt, die
in den jeweils unteren 4-Bit eines jeden Bytes die Daten enthalt.
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Wird ein ROM ausgewahlt, bei den mehrere Profilen hinterlegt sind, so kann dieses anschliel’end

ausgewahlt werden. Das Display zeigt dann hinter ,L=" die Pins an, die low aktiv sind, und hinter ,H=

die Pins, die high aktiv sind. In der dritten Zeile wird eine kleine Orientierung ausgegeben

Beispiel 23128 / QL ROM

3,064
L

lair @

Gl
H9ain?

ECT or OK?

SELECT or OK?

zu identifizierende ROMS

< 23128 ROM
23256 ROM >

Auswahl des Typs

< Driicke SELECT
Driicke SELECT >

< Driicke SELECT
Dricke OK >

< Dricke OK
ROM identifiziert >

< ROM identifiziert

Beispiel 23256 / QL ROM

Abbildung 3.39: Auswahl der ,active states” beim 23128 und 23256
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Viel komfortabler ist die automatische Erkennung der ,active states der Chip Select und Chip Enable
Signale bei einigen (P)ROMs. Wird ,Autodetect” bzw. ,JUMP to detect® im Display angezeigt, einmal
JUMP dricken. Der Tester versucht jetzt zu erkennen, wie die Daten ausgelesen werden kdnnen.
Folgendes zeigt die Vorgehensweise am Beispiel eines 23128:

Beispiel 23128 / QL ROM

zu identifizierendes ROM

< 23128 ROM

Auswahl des Typs (A)

< Driicke SELECT

Auswahl des Typs (B)

< Drucke SELECT

Auswahl des Typs (C)

< Drucke SELECT

lect active states

JUMF Lo detect
Autodetect 4 )
SEL o JUMP? & Driicke JUMP

Auswahl des Typs (D) - Autodetect

Pin 27 als low-active, Pins 20 und 22 als high-active erkannt

=T '|‘_. .
BTN = | < Driicke OK

< ROM identifiziert
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3.4.6 Auslesen von 2716 (2k x 8), 2532 (4k x 8), 2508 (1k x 8), 2758 (1k x 8)

Beim Auslesen von 2716 (2k x 8), 2532 (4k x 8), 2508 (1k x 8) und 2758 (1k x 8) EPROMs ist zu
beachten, dass diese EPROMSs eine Spannungsversorgung von 5V an Pin 21 (Vpp) auch beim Auslesen
bendtigen. Da der RCT an diesem Pin Uiber keinen Vcc-Treiber verfigt, wird dieser auf ein logisch High
gelegt. .d.R. reicht das aus, um die genannten ICs auszulesen.

Es gibt aber einige EPROMSs, die eine erhdhte Stromaufnahme an Vpp besitzen, so dass der
Spannungspegel an Vpp zu stark abfallt. Es werden dann bei jedem Auslesen andere CRC32 Werte
gelesen, d.h. der Dump ist nicht verlasslich.

Das Problem ftritt auch bei anderen Testern auf und kann mit einem Zwischensockel leicht beseitigt
werden.

Abbildung 3.40: Zwischensockel fir Vpp an 5V

An dem unteren Sockel wurde Pin 21 entfernt, damit keine Verbindung mehr zum ZIF-Sockel besteht.
Die Pins 21 (Vpp) und 24 (Vcc) des oberen Sockels wurden mit einer kleinen Drahtbricke verbunden
(siehe rote Markierung).

Alternativ kann fur das 2716 auch die Definition ,2716 Rev (2k x 8 - EPROM).txt“ verwendet werden.
Das IC muss dann 180 Grad gedreht eingesetzt werden. So kann an Vcc auch an Pin 21 abgelegt
werden.

Hinweis:

Ein ,TMS2516“ ist kompatibel zum Ublichen ,2716“. Ein ,TMS2716“ ist nicht kompatibel
zum , 2716, hier werden mehrere Versorgungsspannungen benétigt.
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3.4.7 Auslesen eines Intel 1702A / 1602A

Es ist moglich den Intel 1702A / 1602A mit Hilfe eines Adapters auszulesen.

Abbildung 3.41: Adapter fir Intel 1702A / 1602A

Abbildung 3.42: Adapter im Sockel

Damit der Adapter die Versorgungsspannungen fur den Intel 1702A / 1602A zur Verfigung stellen kann,
mussen die Anschlisse

o ,Vss/GND* mit ,Vss/GND*“ am Tester (Pfostenleiste rechts neben dem DC/DC-Modul) und
e -12V“ mit ,-12V* auf dem DC/DC-Modul

verbunden werden.

Altere DC/DC-Modulplatinen besitzen noch keinen Anschluss fir -12V, hier kénnen die -12V am
Kuhlblech des LM7905 abgegriffen werden (siehe Bild, gekennzeichnet mit ,Input®).

[ ——> OUTPUT
weur—= O [ ————— INPUT
O|_————= GROUND
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Der Adapter wurde erfolgreich mit mehreren Chips des Typs Intel 1702A und Intel 1602A getestet.
Aufgrund der Beschaffenheit (und vor allem des Alters) des Chips ist aber nicht gewahrleistet, dass ein

Auslesen immer zuverlassig klappt.

Abbildung 3.43: Getestete 1702A

Beim Auslesen bitte folgende VorsichtsmaRnahmen einhalten, damit aus Versehen (z.B. beim
Fallenlassen des Adapters) kein Kurzschluss entstehen kann:

1. Zuerst den Chip in den Adapter einsetzen.
2. Den Adapter mit Chip in den Tester einsetzen.
3. Die Spannungsversorgung mit dem Board herstellen (Vss und -12V).
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3.4.8 Auslesen des Character ROM RO-3-2513 bzw. der Motorola MCM6670-Serie

Der Retro Chip Tester kann auch Character ROMs auslesen. Jedoch missen dabei ein paar
Besonderheiten dieser ROMs beachtet werden.

Character ROM RO-3-2513 (64 x 8 x 5):

Das 2513 ROM existiert in zwei Varianten: Einmal mit 5V Spannungsversorgung (mit der Bezeichnung
RO-3-2513) und einmal mit +5V/-5V/-12V Spannungsversorgung. Ohne Adapter kann nur die 5V-
Variante direkt ausgelesen werden.

Die Daten werden gem. der Vorgabe durch die Adressleitungen ausgelesen (Pin 14 = AO bis Pin 22 =
A8). Die fehlenden Bits 6 und 7 werden mit ,,0“ gepadded. Die abgelegte Datei hat eine Lange von 512
Bytes.

Character ROM MCM6670 (128 x 7 x 5):

Die MCM6670-Serie von Motorola (darunter fallt auch das SCM37530 aus dem TRS-80 Model 1) hat 7
Adressleistungen flir 128 Zeichen mit 7(!) Zeilen (RS1 - RS3) und 5 Datenleitungen.

Es werden insgesamt 1024 Speicherworte mit je 5 Bit ausgelesen. Die fehlenden Bits 6 und 7 werden
mit ,,0“ gepadded. Fur die Bitkombination RS1 = RS2 = RS3 = 0 (= Zeile 0) liefert das ROM grundsatzlich
,0x00“ zuriick. Die abgelegte Datei hat somit eine Lange von 1024 Bytes.

nnnnn

Abbildung 3.44: Die ersten 21 Byte (bzw. 24 Byte mit Zeile 0) eines SCM37530

In der Abbildung wurde eine ,0“ durch ein Leerzeichen und eine ,,1“ durch einen Stern ersetzt.
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3.4.9 Auslesen des Character ROM 2513 (+5V/-5V/-12V Version)

Das Character ROM 2513 benétigt drei Spannungen: +5V, -5V und -12V. Die fehlende Spannung von
-12V wird mit Hilfe eines Adapters zur Verfigung gestellt. Das Auslesen des ROMs erfolgt dann tber
die Einstellung 2704.

Die Daten werden gem. der Vorgabe durch die Adressleitungen ausgelesen (Pin 14 = AQ bis Pin 22 =
A8). Die fehlenden Bits 6 und 7 werden mit ,0“ gepadded (der Adapter besitzt hierzu Pulldown-
Widerstande). Die abgelegte Datei hat eine Lange von 512 Bytes.

Abbildung 3.45: 2513 Adapter (+5V/-5V/12V Version)

3.4.10 Auslesen der ROMs MM4204 /| MM5204

Die ROMs MM4204 und MM5204 bendétigt zwei Spannungen: +5V und -12V. Die fehlende Spannung
von -12V wird mit Hilfe eines Adapters zur Verfigung gestellt. Das Auslesen des ROMs erfolgt dann
Uber die Einstellung 2704.

Abbildung 3.46: 4204/5204 Adapter

Achtung: Der IC ist um 180 Grad gegenluber dem Tester-Sockel gedreht.
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3.4.11 Auslesen des ROM Signetics 2530

Das ROM 2530 von Signetics wurde sehr selten verwendet, z.B. im Arcade-Automaten ,Qwak!“. Das

ROM kann mit der benutzerdefinierten Definition ,2530 (512 x 8 - ROM, ADAPTER).txt* (ab Firmware
v.22) und einem Adapter gesichert werden.

Da der Adapter recht einfach ist, kann er mit zwei 24-poligen Sockeln (runde Lécher) gebaut werden:

1. Der erste Sockel wird in den ZIF-Sockel gesteckt, der zweite auf den ersten montiert.

Unterer Sockel: Wir entfernen Pin 4 und Pin 12, damit gibt es keine Verbindung zum ZIF Sockel.
Pin 12 wird verwendet, um 12V einzuspeisen, Pin 4 wird fur Vss verwendet.

3. Oberer Sockel: Wir I16ten einen Draht an Pin 12 (-12V) an. Dieser Pin wird nicht mit dem unteren
Sockel verbunden, sondern mit dem -12V-Anschluss auf der DC/DC-Platine.

4. Da ZIF Pin 4 kein Vss liefern kann, verwenden wir Vss von Pin 17 (ZIF Pin 25). Wir verbinden
Pin 17 von der unteren Buchse mit Pin 4 der oberen Buchse.

5. Die beiden Sockel werden nun ineinandergesteckt, sodass alle anderen Pins 1:1 verbunden
sind.

Fir den oberen Sockel kann natiirlich auch ein ZIF Sockel verwendet werden.

000

0000VO0

(o]
o]
o
(o]
o
(o]
(o
°
(o)
(¢}
(o)

Abbildung 3.48: 2530 Adapter (Selbstbau, seitliche Ansicht)
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Abbildung 3.50: Auslesen eines 2530 ROM
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3.412 Auslesen des ROM Mostek MK28000 und TMS4800

Das ROM MK28000 von Mostek wurde sehr selten verwendet, z.B. im Arcade-Automaten ,Tank“. Das
ROM kann mit der benutzerdefinierten Definition ,MK28000 — TMS4800 (2k x 8 - ROM, ADAPTER).txt*
(ab Firmware v.22) und einem Adapter gesichert werden.

Der MK28000 benétigt Pulldowns an den Datenleitungen, die durch den Adapter angelegt werden (10k
Ohm). StandardmaRig arbeitet der RCT mit aktivierten Pullups bei ROMs (da viele altere Bausteine Gber
Open-Collector Ausgange verfligen). Aus diesem Grund sollten die Pullups in der Konfiguration zum
Auslesen eines MK28000 ausgeschaltet werden.

I.d.R. funktioniert das Auslesen zwar auch mit aktivierten Pullups (diese haben ca. 10k bis 20k Ohm),
allerdings wird dann aufgrund des Spannungsteilers nur ca. 1.5v bis 2v fiir ein logisch LOW auf den
Datenleitungen erreicht. Das sollte zwar als logisch LOW erkannt werden, verlasslicher ist aber das
Auslesen mit deaktivierten Pullups. Alternativ kdnnten auch die Pulldowns auf dem Adapter auf 4.7k
Ohm oder sogar 3.3k Ohm reduziert werden.

Abbildung 3.51: MK28000 Adapter

Eine selbstgebaute Version des Adapters finden Sie im BOM-Dokument.
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3.4.13 Auslesen des EEPROM uPD454 und ROM uPD464

Das NEC uPD 454 und uPD 464 kann uber einen einfachen Adapter ausgelesen werden. Das Auslesen
erfolgt Uber die Custom Definition ,uPD454 - uPD464 (256 x 8, EEPROM, ROM).txt".

Abbildung 3.52: uPD454 / uPD464 Adapter

3.4.14 Auslesen des EPROM CDP18U42

Das EPROM CDP18U42 von RCA wurde nur selten eingesetzt. Das Auslesen des EPROMSs erfolgt
uber die Einstellung ,,74S271/470% (74S271, 74S371, 74S470, 74S471).

Abbildung 3.53: CDP18U42 Adapter
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3.4.15 Auslesen von Commodore C64 Cartridges

Es kénnen C64 Cartridges mit einer Speicherkapazitat von 16 kByte (2x 8 kByte) ausgelesen werden.
Die Umschaltung zwischen ROMH und ROML wird durch einen einfachen Schalter realisiert. Zum
Auslesen wird die Einstellung 2764 (8k x 8 EPROM) verwendet.

Die Beschriftung des Cartridges zeigt beim Auslesen nach vorne (vom Display weg).

Abbildung 3.54: C64 Cartridge Adapter

5 Srors Bow: (198Commoderi ot 6 |  Haaweozbn |

Address |0 |1 (2 (3|45 |6|7 |89 |a|b|c|dle|Ef | Dump “BlAddress 0 | 1|23 4 5|67 8 9 a|b|/c|d e f Dump 2
00002560 00 dO £3 4c ba a4 4c b7 a4 ad 25 c5 cd 1lc c5 £0 .P6L°sL-u-%Af.A6 00000500 00 dO £3 4c ba a4 4c b7 a4 ad 25 c5 cd 1lc c5 £0 .P6L°sL-u-%Af.A6
00002570 09 ad 26 c5 ed 1ld ¢5 09 01 60 ad 26 c5 ed 1d c5 .-sA1.A.. -sAi.A 00000510 09 ad 26 c5 ed 1d ¢5 09 01 60 ad 26 c5 ed 1d c5 .-&A1.A.. -sAi.A
00002580 60 48 49 52 45 53 40 50 4c 4f 54 40 4c 49 4e 45 "HIRES@PLOTE@LINE 00000520 60 48 49 52 45 53 40 50 4c 4f 54 40 4c 49 4e 45 “HIRES@PLOTE@LINE
00002590 40 42 4c 4f 43 4b 40 46 43 48 52 40 46 43 4f 4c @BLOCK@FCHR@FCOL 00000530 40 42 4c 4f 43 4b 40 46 43 48 52 40 46 43 4f 4c @BLOCK@FCHR@FCOL
000025a0 40 46 49 4c 4c 40 52 45 43 40 52 4f 54 40 44 52 @FILL@RECEROTEDR 00000540 40 46 49 4c 4c 40 52 45 43 40 52 4f 54 40 44 52 @FILLEREC@ROTEDR
000025b0 41 57 40 43 48 41 52 40 48 49 20 43 4f 4c 40 49 AWECHAR@HI COL@I 00000550 41 57 40 43 48 41 52 40 48 49 20 43 4f 4c 40 49 AWECHAR@HI COL@I
000025¢c0 4e 56 40 46 52 41 43 40 4d 4f 56 45 40 50 4c 41 NV@FRACE@MOVE@PLA 00000560 4e 56 40 46 52 41 43 40 4d 4f 56 45 40 50 4c 41 NV@FRACE@MOVE@PLA
000025d0 43 45 40 55 50 42 40 55 50 57 40 4c 45 46 54 57 CEQUPBGUPWELEFTW 00000570 43 45 40 55 50 42 40 55 50 57 40 4c 45 46 54 57 CEQUPBGUPWELEFTW
000025e0 40 4c 45 46 54 42 40 44 4f 57 4e 42 40 44 4f 57 @LEFTB@DOWNBEDOW 00000580 40 4c 45 46 54 42 40 44 4f 57 4e 42 40 44 4f 57 @LEFTBE@DOWNBEDOW
000025£0 4e 57 40 52 49 47 48 54 42 40 52 49 47 48 54 57 NWERIGHTB@RIGHTW 00000590 4e 57 40 52 49 47 48 54 42 40 52 49 47 48 54 57 NWE@RIGHTB@RIGHTW
00002600 40 4d 55 4c 54 49 40 43 4f 4c 4f 55 52 40 4d 4d @MULTI@COLOUREMM 000005a0 40 4d 55 4c 54 49 40 43 4f 4c 4f 55 52 40 4d 4d @MULTI@COLOUREMM
00002610 4f 42 40 42 46 4c 41 53 48 40 4d 4f 42 20 53 45 OBE@BFLASHEMOB SE 000005b0 4f 42 40 42 46 4c 41 53 48 40 4d 4f 42 20 53 45 OBE@BFLASHEMOB SE
00002620 54 40 4d 55 53 49 43 40 46 4c 41 53 48 40 52 45 TEMUSIC@FLASH@RE 000005c0 54 40 4d 55 53 49 43 40 46 4c 41 53 48 40 52 45 T@MUSICRFLASHE@RE
00002630 50 45 41 54 40 50 4c 41 59 40 3e 3e 40 43 45 4e PEAT@PLAY@>>QCEN 000005d0 50 45 41 54 40 50 4c 41 59 40 3e 3e 40 43 45 4e PEAT@PLAY@>>@CEN
00002640 54 52 45 40 45 4e 56 45 4c 4f 50 45 40 43 47 4f TREGENVELOPE@CGO 000005e0 54 52 45 40 45 4e 56 45 4c 4f 50 45 40 43 47 4f TREGENVELOPE@CGO
00002650 54 4f 40 57 41 56 45 40 46 45 54 43 48 40 41 54 TOGWAVE@FETCHEAT 000005£0 54 4f 40 57 41 56 45 40 46 45 54 43 48 40 41 54 TOGWAVE@FETCHEAT
00002660 28 40 55 4e 54 49 4c 40 3e 3e 40 3e 3e 40 55 53 (QUNTIL@>>@>>QUS 00000600 28 40 55 4e 54 49 4c 40 3e 3e 40 3e 3e 40 55 53 (@UNTIL@>>@>>QUS
00002670 45 40 3e 3e 40 47 4c 4f 42 41 4c 40 3e 3e 40 52 E@>>@GLOBALE@>>@R 00000610 45 40 3e 3e 40 47 4c 4f 42 41 4c 40 3e 3e 40 52 E@>>@GLOBALE@>>@R
00002680 45 53 45 54 40 50 52 4f 43 40 43 41 4c 4c 40 45 ESET@PROCECALLEE 00000620 45 53 45 54 40 50 52 4f 43 40 43 41 4c 4c 40 45 ESET@PROCECALLEE
00002690 58 45 43 40 45 4e 44 20 50 52 4f 43 40 45 58 49 XECEEND PROCEEXI 00000630 58 45 43 40 45 4e 44 20 50 52 4f 43 40 45 58 49 XECEEND PROC@EXI
000026a0 54 40 45 4e 44 20 4c 4f 4f 50 40 4f de 20 4b 45 T@END LOOPEGON KE 00000640 54 40 45 4e 44 20 4c 4f 4f 50 40 4f de 20 4b 45 TEEND LOOPGON KE
000026b0 59 40 44 49 53 41 42 4c 45 40 52 45 53 55 4d 45 Y@DISABLE@RESUME 00000650 59 40 44 49 53 41 42 4c 45 40 52 45 53 55 4d 45 Y@DISABLE@RESUME
000026c0 40 4c 4f 4f 50 40 44 45 4c 41 59 40 3e 3e 40 3e @LOOP@DELAY@>>@> 00000660 40 4c 4f 4f 50 40 44 45 4c 41 59 40 3e 3e 40 3e @LOOP@DELAY@>>@>
000026d0 3e 40 3e 3e 40 3e 3e 40 53 45 43 55 52 45 40 44 >@>>@>>@SECURE@D 00000670 3e 40 3e 3e 40 3e 3e 40 53 45 43 55 52 45 40 44 >@>>@>>@SECURE@D
000026e0 49 53 41 50 41 40 43 49 52 43 4c 45 40 4f 4e 20 ISAPAGCIRCLEQON 00000680 49 53 41 50 41 40 43 49 52 43 4c 45 40 4f 4e 20 ISAPARCIRCLEQON
000026f0 45 52 52 4f 52 40 4e 4f 20 45 52 52 4f 52 40 4c ERRORENO ERROREL 00000690 45 52 52 4f 52 40 4e 4f 20 45 52 52 4f 52 40 4c ERRORENO ERROR@L
00002700 4f 43 41 4c 40 52 43 4f 4d 50 40 45 4c 53 45 40 OCAL@RCOMPEELSE@ 00000620 4f 43 41 4c 40 52 43 4f 4d 50 40 45 4c 53 45 40 OCAL@RCOMPRELSER
00002710 52 45 54 52 41 43 45 40 54 52 41 43 45 40 44 49 RETRACE@TRACE@DI 000006b0 52 45 54 52 41 43 45 40 54 52 41 43 45 40 44 49 RETRACE@TRACE@DI
00002720 52 40 50 41 47 45 40 44 55 4d 50 40 46 49 4e 44 R@PAGE@DUMPEFIND 000006c0 52 40 50 41 47 45 40 44 55 4d 50 40 46 49 4e 44 R@PAGE@DUMPE@FIND
00002730 40 4f 50 54 49 4f 4e 40 41 55 54 4f 40 4f 4c 44 GOPTION@AUTOROLD 000006d0 40 4f 50 54 49 4f 4e 40 41 55 54 4f 40 4f 4c 44 QOPTION@AUTOQOLD
00002740 40 4a 4f 59 40 4d 4f 44 40 44 49 56 40 3e 3e 40 @JOY@MOD@DIVE>>@ 00000620 40 4a 4f 59 40 4d 4f 44 40 44 49 56 40 3e 3e 40 @JOY@MOD@DIVE>>E
00002750 44 55 50 40 49 4e 4b 45 59 40 49 4e 53 54 40 54 DUP@INKEY@INST@T 000006£0 44 55 50 40 49 4e 4b 45 59 40 49 4e 53 54 40 54 DUP@INKEY@INST@T
00002760 45 53 54 40 4c 49 4e 40 45 58 4f 52 40 49 4e 53 ESTELIN@EXOREINS [, 00000700 45 53 54 40 4c 49 4e 40 45 58 4f 52 40 49 4e 53 ESTE@LINGEXOR@INS v
e £t View B Tlength: 16420 tees 1169 Lnit Colit Pos:t Hec BgEndion s

Abbildung 3.55: Vergleich eines Dumps mit einem Cart-Dump (CRT)

Bitte beachten, dass eine CRT einen ,Header” von 0x60 (96) Bytes enthalt (nicht im Bild gezeigt). Die
zu vergleichenden Informationen befinden sich ab der Startadresse 0x0060 bzw. 0x2560.
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3.4.16 Auslesen von Commodore VC20 Cartridges

Es kénnen VC20 Cartridges mit einer Speicherkapazitat von 8 bis 32 kByte ausgelesen werden. Die
Cartridges kdnnen beim VC20 in vier verschiedenen Speicherbereichen liegen. Diese werden mit einem
Jumper ausgewahlt (BLK5, BLK3, BLK2, BLK1). Fast alle Spiele, bis auf die Scott Adams Text-
Adventure, liegen in Block 5 (BLK5). Bei 16K Cartridges ist gewohnlich Block 3 (BLK3) belegt (ein paar
wenige Spiele verwenden Block 1 (BLK1)). Zum Auslesen wird die Einstellung 2764 (8k x 8 EPROM)
verwendet. Jeder Block muss einzeln ausgelesen werden (nur einen(!) Jumper setzen).

Die Beschriftung des Cartridges zeigt beim Auslesen nach vorne.

Abbildung 3.56: VC20 Cartridge Adapter

Abbildung 3.57: VC20 Cartridge Adapter
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3.4.17 Auslesen von Atari VCS/2600 Cartridges

Es kdénnen VCS/2600 Cartridges mit einer Speicherkapazitadt von 2 kByte, 4 kByte und 8 kByte
ausgelesen werden. Das Auslesen von 16 kByte Cartridges ist nicht mit jeden Cartridge mdglich, da
diese mit zwei ROMs moglicherweise eine hohe Stromaufnahme besitzen, die der Tester nicht
bereitstellen kann. In diesem Fall zeigt jeder Dump einen anderen CRC32, d.h. es gab Fehler beim
Auslesen).

Alle Cartridges (2, 4, 8, 16 kByte):

Alle Cartridges werden Uber den entsprechenden Mentpunkt ,VCS/2600 Cart* ausgelesen. Der Jumper
muss bei einem 4, 8 und 16 kByte Cartridge geschlossen sein (er darf auch bei einem 2k Cartridge
geschlossen sein). Nach Auswahl muss die Cartridge-GroRe ausgewahlt werden. Unterstitzt wird das
Standard-Bank-Switching (F8, F8SC, F6, F6SC).

2 kByte und 4 kByte Cartridges:

Der Adapter kann auch dazu verwendet werden die 2 und 4 kByte Cartridges mit einem beliebigen
anderen EPROM-Lesegerat auszulesen. Hier erfolgt die Umschaltung zwischen 2k und 4k Uber den
Jumper. Zum Auslesen wird dann die Einstellung 2716 (2k x 8) oder 2732 (4k x 8) verwendet.

Calculated 2732
. pacmane
Pac-Man <PAL)>
Ag9ain?

Abbildung 3.59: Ausrichtung des Cartridges

Die Beschriftung des Cartridges zeigt beim Auslesen in Richtung Display. Sollte der Adapter einen
zweiten Jumper (JP2) besitzen, so ist dieser immer auf ,STD* zu setzen.
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3.4.18 Auslesen von MSX Cartridges

Es kénnen MSX Cartridges mit einer Speicherkapazitat von 16 oder 32 kByte ausgelesen werden. Die
korrekten Select-Signale werden Uber drei Jumper festgelegt: CS1 (16kb), CS2 (16kb) and CS12 (32kb).

Zum Auslesen wird die Einstellung 27128 (16k x 8 EPROM) bei 16kb und die Einstellung 27256 (32k x
8 EPROM) bei 32kb verwendet.

Die Beschriftung des Cartridges zeigt beim Auslesen nach vorne.

®
RN e
e

Abbildung 3.61: MSX Cartridge Adapter

Hinweis: Bank Switching wird nicht unterstitzt. Nur Standard 16kb und 32kb Cartridges kénnen gelesen
werden.
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3.4.19 Auslesen von 1-16 Mbit EPROMs

Um 1-, 2-, 4-, 8- und 16-Mbit EPROMSs zu sichern, muss der 1-16-Mbit EPROM Adapter verwendet
werden. Mit diesem Adapter kdnnen EPROMs in zwei Durchgangen gesichert werden. Ein Durchgang
speichert die geraden Adressen, der andere Durchgang speichert die ungeraden Adressen (JP1 wird
verwendet, um den ,even/odd“ (ungerade/ungerade) Modus zu wahlen).

Abbildung 3.62: Orientierung des Adapters

Achtung:

e 1-, 2-und 4-Mbit-EPROMSs besitzen 40 Pins. Diese EPROMSs werden in dem 42-Pin-Sockel nach

unten ausgerichtet (die obere Reihe bleibt frei).
ICs gesichert werden,

e Es konnen nur

NC O 1 40 [J A8

AT 2 39 [J A9
A6 ] 3 3g [ A10
A5 O 4 37 O AN
Ad 5 36 [ A12
A3 6 35 [ A13
AnROr7 34 [ A4

Al 8 o 33 [JA15
MO 2 sm@ONe
CEL]10 ¢y 31 [JBYTENPP
GND ] 11 Ry 30 [JGND
OE [ 12 X 29 [ Q15/A-1
i = 28 O Q7

Qs ] 14 27 [ Q14
al o 15 26 [ Q6

Q9 ] 16 25 [ Q13
Q2 O 17 24 [1Q5
Q10 ] 18 23 [ Q12
Q3 [ 19 22 [ 04
Q11 O 20 21 [O V€€

die eine
EPROMs/ROMs mit einem festen 16-Bit Datenbus kénnen nicht gespeichert werden.

o ROMs und PROMSs funktionieren normalerweise nur in einem festen Modus (8-Bit oder 16-Bit).
Nur ICs, die im 8-Bit-Modus arbeiten, kdnnen gespeichert werden.

Leven/odd“-Auswahl

ermoglichen.

A18[]
A17]
ATl
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A4l
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[1A15
[1A16
[1BYTEVPP
1 Vss

1 Q15A-1
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105
Q12
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1Vee

Abbildung 3.63: Unterstitze EPROMSs (1- und 16Mbit Pinbelegung)
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Folgende ICs mit 40 Pins sollten funktionieren:

e 1Mbit: 27C1100 (128K x 8 - 64K x 16)
e 2Mbit: 23C2000, 23C2100, 27C2100
e 4Mbit: 23C4000, 534200, 27C400, 27C4000, 27C4100

Folgende ICs mit 42 Pins sollten funktionieren:

e 8Mbit: 23C8105, 538200, 27C8192, 27C800
e 16Mbit: 23C16000, 27C160, 5316200

Bitte beachten, dass die Bezeichnung nicht durchgangig eindeutig ist. Im Zweifelsfall immer das
Datenblatt konsultieren.

Um diese EPROMSs zu sichern, muss zuséatzlich eine benutzerdefinierte ROM-Definition installiert
werden (siehe Kapitel 3.2.10). Es gibt folgende benutzerdefinierte Definitionen:

e 1MBIt-27C1100 (128K x 8 - 64K x 16 - ROM, ADAPTER).txt

e 2MBit - 23C2000 - 23C2100 - 27C2100 (256K x 8 - 128K x 16 - ROM, ADAPTER).txt

e 4MBit - 23C4000 - 534200 - 27C400 - 27C4000 - 27C4100 (512K x 8 - 256K x 16 - ROM,
ADAPTER).txt

e 8MBit - 23C8105 - 538200 - 27C8192 - 27C800 (1M x 8 - 512K x 16 - ROM, ADAPTER).txt

e 16MBit - 23C16000 - 27C160 - 5316200 (2M x 8 - 1M x 16 - ROM, ADAPTER).txt

Dieser Adapter konnte noch nicht ausgiebig getestet werden. Es kann also nicht garantiert werden, dass
dieser in jedem Fall funktioniert.
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3.5 Testen von PLA und FPLA

Uber einen kleinen Umweg kdnnen auch PLAs und FPLAs getestet werden. Die Vorgehensweise ist
identisch mit dem Auslesen von ROMs (siehe Kap. 3.2.6 und Kap. 3.4).

Es wird fur den zu testenden PLA eine ROM(!)-Definitionsdatei angelegt, z.B. fir ein Signetics 825100,
wie es von Commodore als PLA im C64 verwendet wird, sieht diese wie folgt aus:

; Definition for Signetics 825100 (64k x 8, ROM)

; Status: working, confirmed

; used to check Commodore PLAs, e.g. 906114-01, 251641-02, etc
; Rename to "customroml.txt"

name: 82S100 (64k x 8)

dip: 28

size: 65536

flags: O

a: 9,8,7,6,5,4,3,2,27,26,25,24,23,22,21,20
dout: 18,17,16,15,13,12,11,10
cs: 19

pcs:

we:

oe:

gnd: 14

vce: 28

Ist die CRC32 bekannt, wird der erkannte PLA direkt angezeigt, ansonsten nur die CRC32. Diese kann
dann in die externe CRC32-Datenbank aufgenommen werden.

Calculated ROWM by S -" Calculated ROM
9861 - = g . 251641-90
St Cli6-Plus4 PLA

cC64 & |
BXSESE?CEG 1 = A Bx7EBBS9912 Again?

Abbildung 3.64: Identifizieren von PLAs (links C64 PLA, rechts C116/Plus4 PLA)

Es kann auch eine entsprechende Binardatei angelegt werden mit der versucht werden kann den PLA
mit Hilfe eines EPROMSs zu ersetzen. Fir den 27512 muss aber ein entsprechender Adapter verwendet
werden (Eingang I, auf Adressleitung A,, Ausgang F, auf Datenleitung Dy).
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3.5.1 Besonderheiten bei Commodore PLAs

Es existiert bereits ein PLA2EPROM-Adapter der beim C64 (bzw. CBM-Rechnern) eingesetzt wird. Hier
ist die Belegung aber nicht 1:1, wie oben erwahnt.

Das N82S100 Datenblatt zeigt dessen Pinbelegung, z.B. Pin 2 =17, Pin 3 =16, Pin 9 = 10, Pin 10 = F7.
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8 = |_||_||_||_I|_||_||_||_||_||_||_|I_Il_|l_|rn
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Abbildung 3.65: Pinbelegung N82S100 PLA und 27512 EPROM
Aus logischer Sicht ist es sinnvoll, diese entsprechend auf die Adress- und Datenleitungen abzubilden:
I, 2 A, und F, > Dy

Genau dieses macht die benutzerdefinierte ROM-Definition flr das N82S100, wenn ein Dump erzeugt
wird.

Leider ist dies unpraktisch, wenn das PLA durch ein 27512 ersetzt werden soll. Mit Fadeltechnik wiirde
die Verdrahtung zu komplex und es ware eine Platine erforderlich. Also wurden immer, wenn ein
Eingang (l) mit einer Adressleitung (A) Ubereinstimmte, diese verbunden und der Rest wurde verdrahtet.
So war es mdglich, einen Adapter mit nur zwei Sockeln zu erstellen.

00000060000000
©00000000000000

[B0000000000000
B0000000000000

Abbildung 3.66: PLA2EPROM Adaptersockel

Das Problem dabei ist, dass die Pinbelegung flr beide Chips unterschiedlich ist. Durch diesen Adapter
werden z.B. 11 (Pin 8) mit A2 (Pin 8), 17 (Pin 2) mit A12 (Pin 2) verbunden. Das vereinfacht zwar die
Verdrahtung, erzeugt aber das Probleme, so dass fur das EPROM ein spezieller Dump genau mit
diesem Adapter erzeugt werden muss.

Die PLA2EPROM Custom ROM Definition erzeugt einen Dump genau auf diese Weise, so dass er direkt
fur das 27512 EPROM verwendet werden kann. Bitte dennoch beachten: Das ist nur eine Quick’n’Dirty
Lésung. Ein solcher Ersatz kann funktionieren, muss aber nicht.
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Mit der folgenden ROM-Datei wird speziell fir diesen Adapter ein Dump erzeugt, der in einem 27512
verwendet werden kann:

; Definition for PLA2EPROM dumps (64k x 8, ROM)

; Status: working, confirmed

; these dumps can be used in a 27512 as PLA replacement
; PLA-to-EPROM adapter is required

; Rename to "customroml.txt"

name:
dip:
size:
flags:

a:

din:
dout:
cs:
pcs:
we:
oe:

gnd:
vce:

PLA2EPROM (64k x 8)
28

65536

0

20,9,8,7,6,5,4,3,25,24,21,23,2,26,27,22
11,12,13,15,16,17,18,10

11,12,13,15,16,17,18,10
19

14
28
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3.6 Lesen der ,elektronischen Signatur”“ eines EPROMs

Von EPROMSs kann die ,elektronische Signatur® (2764-27128 und 27256-27512) ausgelesen werden.

Identitiging EFREOM
Mfr. 281 AMC ki
QE&_ _R AmZ27C125

Abbildung 3.67: Identifizierung eines Am27C128 von AMD (Hersteller 0x01, Device 0x16)

Far EPROMs mit 32 Pins muss ein einfacher Adapter verwendet, da die bendtigte Spannung an dem
entsprechenden Pin vom RCT nicht direkt zur Verfigung gestellt werden kann:

Ein 28- und 32-poliger Sockel werden, wie in folgenden Bildern gezeigt, zusammengesteckt. Am 32-
poligen Sockel werden die Pins 1, 2 und 3, sowie 29, 30 und 31 miteinander verbunden. Pin 28 vom 28-
poligen Sockel wird mit Pin 32 vom 32-poligen Sockel verbunden, dieser darf keine Verbindung mit dem
darlberliegenden Pin besitzen.

w0l VR VI I 10 TS0 TN T T T T

I
)
l

bb bebbimbmbed dedpd b T
| N

Bobisinion oy
I

nin ik

i R R
hilliﬂ Illlllh II ;;,

Abbildung 3.68: DIY Adapter zum Lesen der Signatur von EPROMs mit 32 Pins
Das Auslesen der Signatur erfolgt dann mit der Einstellung ,ES 27256-27512".

Abbildung 3.69: Adapter zum Lesen der Signatur von EPROMs mit 32 Pins
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Beispiele:

Abbildung 3.71: Original M27C1001 (links) und Original M27C2001 (rechts)

Die Hersteller- und Typ-Signaturen sind nicht unbedingt eindeutig. Teilweise wurde dieselbe
Signatur von mehreren Herstellern verwendet und dieselbe Signatur kann auch von
mehreren Typen verwendet werden. Es wird bei identischen Signaturen, die haufiger
verwendete angezeigt.

Es kann ebenfalls die Signatur von EEPROMSs ausgelesen werden. Es ist dabei zu beachten,
dass der Inhalt ggf. geléscht werden kann.
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3.7 Testen von Logik-ICs (74xx, 40xx und weitere)

Es konnen viele Logik-Chips der 74xx- und 40xx-Serie getestet werden. Die Logikfamilie spielt (fast)
keine Rolle, da der Tester die Logik testet, keine technischen Spezifikationen, und die
Spannungsversorgung 5V betragt. Somit kdnnen aus der 74xxx-Serie die folgenden Varianten getestet
werden: Standard-TTL (kein Buchstabe), L, H, S, LS, AS, ALS, F, HC, HCT, AC, ACT.®

Die Logik-Tester werden Uber das Menu aufgerufen:

Abbildung 3.72: Aufruf des Logik-Testers

Anschlielend wird der zu testende Chip ausgewahlt.

Abbildung 3.73: Auswahl des 7400

Sollte der Chip in Ordnung sein, wird ,Chip OK"ausgegeben, ansonsten ,Chip FAILED"
Der gefundene Fehler wird dabei fur 2 Sekunden angezeigt. Die Anzeige ist wie folgt:

0 bzw. 1 = Angelegtes Signal OV oder 5V an einem Eingang.
L bzw. H = Erwartetes Signal OV oder 5V an einem Ausgang.
G bzw. V = Spannungsversorgung (GND bzw. Vcc)

Ein ,H mit Pfeil nach unten” bedeutet, dass ein H gelesen wurde, es wurde aber ein L erwartet.
Ein ,L mit Pfeil nach oben* bedeutet, dass ein L gelesen wurde, es wurde aber ein H erwartet.

d 74169 (162

'..ar' o Ccounter

Abbildung 3.74: Defektes ,4-bit binary counter (74169)"

Im obigen Beispiel wurde ein H an Pin 11 und 13 gelesen, aber jeweils ein L wurde erwartet, und ein L
wurde an Pin 12 gelesen, aber ein H wurde erwartet.

Bitte unbedingt die Hinweise in Abschnitt 3.7.4 beachten!

Ein Test wird mehrfach wiederholt, wenn er mit langem Dricken auf OK gestartet wird
(siehe Konfiguration). Nicht alle Tests unterstitzen dieses. FUNC (oder SELECT/JUMP)
bricht vorzeitig ab.

6 Es gibt eine Einschrankung: Aufgrund der Strombegrenzung auf ca. 2-3mA kdnnen Bausteine mit einer
besonders hohen Stromaufnahme an einem Eingang nicht unbedingt verlasslich getestet werden (i.d.R. Chips mit
parallel geschalteten Flip-Flops, z.B. bei Zahlern, wie 7490 (Standard-TTL)).
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3.7.1 Chips mit besonderer Spannungsversorgung

Einige Chips weichen von dem Standardschema bzgl. der Spannungsversorgung ab.

.Position x* in den Sockel eingesetzt werden. Normalerweise werden die Chips nach oben
ausgerichtet eingesetzt (entspricht ,Pos 1%). Da einige Chips die Spannungsversorgung an
nicht an den Ublichen Pins (z.B. 7475, 7476, 7490, 7492, 7493) erwarten, ist dieser Chip
dann versetzt einzusetzen (,Pos 4“ bedeutet also, dass drei Reihen frei bleiben missen).

Sollte hinter der Typenbezeichnung ein ,Pos x* ausgeben werden, so muss der Chip an I

"S53 7498 Pos 4 (140
' Decade Counter

" |

1

g

05

Abbildung 3.75: Chip eingesetzt an Position 4 (7490)



Retro Chip Tester Pro Seite 96 © 2019-2025 http://8bit-museum.de

Sollte hinter der Typenbezeichnung ein ,Rev x“ ausgeben werden, so muss der Chip an ,Position x“ um
180 Grad gedreht in den Sockel eingesetzt werden. Hiervon sind aber nur sehr wenige ICs betroffen.

» DL2416 Rev 1 (18)
Disrplay

Chir OK - A9ain?

Abbildung 3.76: Chip um 180 Grad gedreht an Pos 1 eingesetzt (DL2416)
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3.7.2 Pinbelegung von Logik-Chips

3.7.2.1 Pinbelegung von 74xx und 54xx Logik-Chips

Die Pinbelegung ist bei den unterschiedlichen Spezifikationen i.d.R. identisch:

o 54xx - Military/Airspace Grade Device
e 64xx - Industrial Device
e 74xx - Commercial Grade

Somit kann ein 5400 mit der Einstellung 7400 i.d.R. problemlos getestet werden, sofern der Gehausetyp
identisch ist. Vorsicht ist geboten, wenn z.B. ein 54xx Baustein in einem anderen Gehause, z.B. ,W*
(ceramic flat pack), vorliegt (siehe Beispiel ,7454“ unten).

3.7.2.2 Von einigen Logik-Chips gibt es unterschiedliche Auspragungen
Der 7454 und 74LS54 haben eine unterschiedliche Funktion und damit auch Pinbelegung:

o Der 7454 beinhaltet vier AND-Gatter mit je zwei Eingangen, die mit einem NOR verkn(pft sind.
e Der 74LS54 beinhaltet zwei AND-Gatter mit zwei Eingangen und zwei AND-Gatter mit drei
Eingangen, die mit einem NOR verknipft sind.

- - Iom moo m F I @ mom g 0 o
. £ 2
< <

Abbildung 3.77: 74LS54 und 7454

Der Chip Tester erlaubt z.B. die Auswahl des ,,7454" bzw. ,7454(LS)".

Da das Display nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen darstellen kann, muss sollte bei alteren ICs ggf.
das Datenblatt konsultiert werden. Die folgenden ICs (und ein paar weiter) werden gesondert angezeigt:

Auswabhl zu testende ICs

7451 nur 7451, H 51, S 51

7451(LS) L 51, LS 51 und alle anderen (HC, HCT etc.), sofern vorhanden
7453 nur 7453

7453(H) nur H 53

7454 nur 7454

7454(H) nur H 54

7454(LS) L 54, LS 54 und alle anderen (HC, HCT etc.), sofern vorhanden
7455(H) nur H 55

7455(LS) L 55, LS 55 und alle anderen (HC, HCT etc.), sofern vorhanden
7471(H) nur H 71

7471(L) nur L 71
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Auswahl zu testende ICs

7476 nur 76

7476(LS) nur LS 76

7478(H) nur H 78

7478(L) nur L 78

7478(LS) LS 78 und alle anderen (HC, HCT etc.), sofern vorhanden
7485 7485 und alle anderen (HC, HCT etc.), sofern vorhanden
7485(C) nur C 85

7490 7490 und alle anderen (HC, HCT etc.), sofern vorhanden
7490(C) nur C 90

7493 7493 und alle anderen (HC, HCT etc.), sofern vorhanden
7493(C) nur C 93

7493(L) nur L 93

7495 7495, LS 95 und alle anderen (HC, HCT etc.), sofern vorhanden
7495(L) nur L 95
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3.7.2.3

Chips mit der Gehausekennung ,D* (DIP), ,,J“ (CDIP = ceramic DIP) und ,N“ (plastic DIP) besitzen i.d.R.
dieselbe Belegung.

Unterschiedliche Pinbelegung bei verschiedenen Gehausetypen:

Chips mit der Gehausekennung ,W* (ceramic flat pack) kdnnen u.U. eine unterschiedliche Pinbelegung
haben und sollten erst nach einem Blick ins Datenblatt gepruft werden.

Beispiel 7454N/7454J und 7454W:

wr [1T]
%) a a

23 O 23 < Z0u
S5 SezZzZTo> ¥ TO>02Zuuw
Q3 OaNOOMNnD 435

ILE 4 M N - & th m &g
=2 h s

L8 -5

N - — M W D M~ -
s~ guoguUuog v
g% «dvogquwwLoQ <
22 2=z Z
B ® Qo o

Abbildung 3.78: 7454 J/N und 7454 W

Hingegen besitzt der 74LS54 in allen Ausfiuihrungen dieselbe Pinbelegung:

J OR W PACKAGE
... D OR N PACKAGE

(TOP VIEW]

SN541L.554
SN74L854

Abbildung 3.79: 74LS54 D/J/N/W

Der Chip Tester unterstutzt die gangigen Pinbelegungen der DIP-Gehausetypen.
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3.7.2.4 Unterschiedliche Funktionalitat aber gleiche Typennummer
Einige Logik-ICs scheinen ein bestimmter Typ zu sein, sind es aber nicht.
Zum Beispiel:
Der SN74130 ist ein ,Retriggerable Monostable Multivibrator*.
SN54122, SN54123, SN54130, SN54LS122, SN54LS123,

SN74122, SN74123, SN74130, SN74LS122, SN74LS123
RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATORS

SDLS043 — DECEMBER 1983 — REVISED MARCH 1988

® D-C Triggered from Active-High or Active- ' SN54123, SN54130, SN54LS123 . . . J OR W PACKAGE
Low Gated Logic Inputs SN74123, SN74130 .. . N PACKAGE
SN74LS123 ...D OR N PACKAGE

@ Retriggerable for Very Long Output Pulses, (TOP VIEW) (SEE NOTES 1 THRU 4)

Up to 100% Duty Cycle

@ OQverriding Clear Terminates Qutput Pulse 1al]r YiePvee
' ¥ H 2
® '122 and 'LS122 Have Internal Timing L R e
Resi R ext
esistors s 1s1a
2al]s  12[J2a
d Q
escription 2 Coxtl|8  11[J2CLR
These d-c triggered multivibrators feature output pulse- 2Rext/Cext]7  10[J28
duration cantrol by three methods. The basic pulse time GNDL{8 9] ]2A

is programmed by selection of external resistance and

Abbildung 3.80: SN74130
Der ITT74130 ist ein “Quad 2-Input AND Buffers with Open Collector Output”.
ITT54130, ITT74130, ITT54131, ITT74131
QUAD 2-INPUT AND BUFFERS
I TT WITH OPEN COLLECTOR OQUTPUT

SEMICONDUCTORS

QUAD 2-INPUT AND BUFFERS
WITH OPEN COLLECTOR OUTPUT

DUAL-IN - LINE PACKAGE

® High Current and High Voltage Drivers AND FLAT PACKAGE
® Inputs Are Compatible With All Other 74 PIN CONFIGURATION
Series Devices (TOP VIEW)

@ Large Wire-AND Capability

absolute maximum ratings over operating free-air
temperature range (unless otherwise noted)

Supply voltage Ve (see Note 1) i v

Input voltage (see Note 1)... SRR - -1

Output voltage (see Notes 1 and 2].

CATTEA130, ITT74130 s 30V

ITT5413 1. ITT74137 e 15V

Operating free-air temperature range:
ITT54130. ITTE4131 . —55°Cto 125°C POSITIVE LOGIC: Z=A.B
ITT74130, ITT74131 s 0°C to 70°C

Storage temperature range ........... —65°C to 150°C

Abbildung 3.81: ITT74130

Wenn also ein Test fehlschlagt, immer zunachst prifen, ob der IC auch die erwartete Funktion hat.
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Von dem 74LS47 existieren ebenfalls funktional unterschiedliche Typen. Beim SN74LS47 von Texas

Instruments wird die Ziffer 6 ohne ,Tail* erzeugt:

[ |

2 3 4 5 G T il 9

13

0 1 0 11 12 14 15
Abbildung 3.82: SN74LS47
Hingegen wird bei einem SN74LS247 die Ziffer 6 mit ,Tail“ erzeugt:
C = = e = e — | — = =
L o - I B - 0 U] — =
o 1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 1 12 13 14 15

Abbildung 3.83: SN74L.S247

Es gibt jedoch einige Hersteller, bei denen auch der 74LS47 ein , Tail“ bei der Ziffer ,,6“ ausgibt. Der Test
1447 schlagt in diesem Fall natirlich fehl. Diese ICs missen mit der Einstellung 74247 getestet

werden.
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3.7.3 Testen von russischen Chips

Russische Chips werden per Transliteration nach 1ISO 9:1995 angezeigt und in kyrillischer Schrift.
Schriftzeichen auf dem Chip

A |BIK WO I|E || |T WK M|H|{A|O|M|P|C|T|Y |[B|Y [X [N |X
A |B|IC|IC|D|E|F|G|H|l [K|[L | M|N|N|O|P [R|S|T |U |V |W|X|Y |Z

Schriftzeichen auf dem Display

Die TTL-Familien sind nach folgendem Schema gekennzeichnet:

Soviet Union Czechoslovakia Poland East Germany

5400 7400 5400 7400 8400 5400 6400 7400 6400 7400 8400
74 133 K155 MH54 MH74 MH84 | UCA54 | UCA64 UCY74 D1 E1
74L 134 KP134

136 K158
74H 130 K131 UCAB4H | UCY74H D2 E2
74S 530 KP531 MH54S MH74S MH84S UCY74S DS
74LS 533 K555 UCY74LS DL..D | DL...DG

74AS 1530 | KP1530
T4AL 1533 | KP1533 | MH54ALS | MH74ALS

T74F 1531 KP1531
74HC 1564 | KP1564
7T4HCT | 5564 U74HCT...DK

74AC 1554 | KP1554

T4ACT | 1594 | KP1594

74LVC | 5574

7T4VHC | 5584

Quelle: Wikipedia
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3.7.4 Testen von alten bipolaren Logik-Chips und S-TTL/H-TTL

Beim Testen von sehr alten Logik-Chips der 74xx-Serie kann es passieren, dass ein Chip als fehlerhaft
getestet wird, obwohl er eigentlich korrekt arbeitet. Gleiches qilt fir ICs der S-TTL und H-TTL Familie.
Dieses kommt zwar sehr selten vor, es ist aber mdglich, so dass dieses Problem hier kurz vorgestellt
werden soll.

Der Chip Tester ist so aufgebaut, dass die 1/0-Ports des ATmega2560 durch 470 Ohm Widerstande als
Strombegrenzer geschitzt werden (bei 5V sind somit knapp 8-9mA mdglich, eher etwas weniger).

Beispiel 7425 (Dual 4-Input NOR Gates with Strobe):

Aus dem Datenblatt eines 7425 ist zu entnehmen, dass dieser an den Eingédngen 1G und 2G einen
Eingangsstrom von -6.4 mA fur ein LOW-Signal bendtigt (einfach dargestellt: in MOS-Technik sind
Eingange spannungsgesteuert, in bipolarer Technik stromgesteuert, d.h. es wird ein nicht unerheblicher
Strom zum Schalten benétigt). Als Vergleich zur moderneren LS-Serie: Dort liegt ein solcher Eingang
bei ca. -2mA.

[ PARAMETER | TEST CONDITIONS? MiN_ TYP¥ MAX | UNIT
data inputs - 1.6
Ve =MAX, wvy=04v mA,
hL strobe inputs cc i — 8.4

Abbildung 3.84: Datenblatt 7425

Damit liegt der bendtigte Strom knapp in dem Bereich, den der Chip Tester als Eingangsstrom liefern
kann. Bei dem militarischen Varianten 5425 bzw. 8425 kann der bendétigte Eingangsstrom aber noch
etwas hoher liegen.

Bei einem 7425 kann folgendes Problem auftreten: Der RCT testet problemlos alle
Eingangskombinationen in den ersten zwei Schritten durch, im dritten Schritt wird dann folgender Fehler
ausgegeben:

> FE25 (140
2x d4=inPut’ NOR

118115621181 14U
Chir FRILED ~A9ain?

Abbildung 3.85: Fehlermeldung 7425

Aus der Fehlermeldung ist zu entnehmen, dass der RCT die Eingange 1G und 2G auf LOW (0) legt, an
den Ausgangen aber ein ,L“ gelesen wird, obwohl ein HIGH erwartet wurde. In diesem Fall reicht der
Eingangsstrom nicht aus. Der Grund liegt im internen Aufbau des 7425:
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Abbildung 3.86: Logikdiagram / Schaltbild 7425

Im Logikdiagramm des 7425 ist zu sehen, dass 1G und 2G je vier Gatter steuert und deshalb ein
erhdhter Strom notwendig ist. Um einen solchen IC zu testen, missen die Schutzwiderstéande verkleinert
werden. Es hat sich als Praktikabel erwiesen, die Widerstande fur 1G und 1G (ZIFO3 und ZIF29)
temporar zu Uberbricken.

I.d.R. sind in den Datenblattern Maximalwerte angegeben, d.h. der typische Wert sollte darunter liegen.
Aufgrund des Alters des Chips (meistens aus den 1970ern), kann aber eine erhdhte Stromaufnahme
notwendig sein. Wirde man die Stromaufnahme mit der Spezifikation vergleichen, misste der Chip
vermutlich als ,defekt” aussortiert werden.

Sollen sehr alte TTL ICs aus den 1970er (kein L oder LS) getestet werden, sollte vorher das Datenblatt
eingesehen werden. Sollte die Stromaufnahme eines Eingangs (meistens bei Zahlern, wie beim 7490)
Uber -6.5mA liegen, kénnen folgende Workarounds verwendet werden:

o Einsetzen eines Pulldowns von z.B. 470 - 1k Ohm: Hierzu wird der Widerstand zwischen Vss
und dem entsprechenden Eingang eingesetzt. Das kann direkt im ZIF-Sockel erfolgen.

e Temporares Uberbricken des Schutzwiderstands fir den entsprechenden Eingang
(Vorsicht, dass kein Kurzschluss mit benachbarten Widerstanden entsteht). A
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Beispiel 74118 / 74119 (Hex Set-Reset Latch):

Beim 74118 und 74119 (Hex Set-Reset Latch) bendtigt der gemeinsame Reset-Eingang einen hohen
Eingangsstrom von knapp 10mA.

L-Eingangssirom;

Ug =525V, U =04V
an El his SG und Rl bis Ra -I|L 16 mA
an R =L 96 mA

Abbildung 3.87: Datenblatt 74118 / 74119

Es kann ein Pulldown von 470 Ohm zwischen R(eset) (Pin 9) und Vss (Pin 8) bzw. zwischen R(eset)
(Pin 13) und Vss (Pin 12) eingesetzt werden. Die 9.6mA sind so hoch, dass auch mit der unten
beschrieben Anderung (470 Ohm Schutzwiderstéande) dieser Widerstand noch notwendig sein kann.

Alternativ kann temporar auch ein Widerstand parallel zu den Schutzwiderstanden geschaltet werden:

> 74118 (16>
6x set—-reset latch

Chir 0K - ASain?

Abbildung 3.88: 1k Ohm Widerstand parallel zum 470 Ohm Schutzwiderstand

Der ,Pulldown*® ist ein Workaround. Die bessere Wahl ist den Wert der Schutzwiderstande zu
verringern.

Beispiel 74H108 (altes TTL IC):
Beim 741H108 bendtigt der gemeinsame Clock-Eingang einen hohen Eingangsstrom von knapp 10mA.
Hier kann z.B. ein 470 Ohm Widerstand zwischen Masse (Pin 7) und CLK (Pin 9) gesetzt werden.

Alternativ kann temporar auch ein Widerstand parallel zu den Schutzwiderstanden geschaltet werden:
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Bekannte ICs mit hoher Stromaufnahme:

Bezeichnung | Beschreibung testbar mit
7425 1G/2G = 6.4mA 470 Ohm (*)
7490 CLK2 = 4.8mA 470 Ohm
7492 CLK2 = 4.8mA 470 Ohm
7493 CLK2 = 4.8mA 470 Ohm
7494 Preset1/2 =6.4mA 470 Ohm (*)
7496 PE = 8mA 470 Ohm
74H101 CLK =4.8 mA 470 Ohm
74H102 CLK =4.8 mA 470 Ohm
74H103 CLK =4.8 mA 470 Ohm
74H104 CLK =4.8 mA 470 Ohm
74H108 CLK =9.6 mA <470 Ohm
74118 R=9.6 mA <470 Ohm
74119 R=9.6 mA <470 Ohm
745181 S =8mA, C = 10mA <470 Ohm
745182 G1=16mA, GO, G2 = 14.4mA 0 Ohm
74196 CLK2 = 6.4mA 470 Ohm (*)
DM8530 CLK2 = 4.8mA 470 Ohm
DM8532 CLK2 = 4.8mA 470 Ohm
DM8533 CLK2 = 4.8mA 470 Ohm

(*) dieser Wert ist grenzwertig, durch Alterungseffekte evtl. nicht mehr
mit dem angegebenen Widerstandswert testbar




Retro Chip Tester Pro Seite 106 © 2019-2025 http://8bit-museum.de

Dieses Problem haben auch andere Logiktester, z.B. der bekannte TL866 (vgl.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/tl866-testing-ttl-7493/ ), der Retro Chip Tester kann aber
zumindest fur diese (wenigen) problematischen Bausteine modifiziert werden.

Fir Experimentier-/Risikofreudige:

Die I/O Ports des ATmega sind deshalb so hoch abgesichert, damit der Tester in jedem Fall auch
Kurzschlisse garantiert tGberlebt. Mit 470 Ohm an allen I/O Ports ist der Schutz i.d.R. auch noch
ausreichend gut gegeben.

Wer jetzt auch noch die verbleibenden 74xx ICs testen mochte, die mehr als ca. 8mA Eingangsstrom
an einem Eingang bendtigen, der hat folgende Moglichkeiten:

1. Schritt: Weitere Verringerung der Schutzwiderstande:

Die I/0 Ports des ATmega vertragen maximal 20mA, d.h. bei 5V darf der Schutzwiderstand rechnerisch
250 Ohm betragen (220 Ohm sind auch ok). Die Zener-Dioden vertragen maximal 500mW, bei 12V also
ca. 40mA. Der Schutzwiderstand sollte fur die Zenerdioden minimal also (12-5)V / 40mA = 175 Ohm
betragen. Der Laststrom ist hier vernachlassigbar. Damit ware das empfohlene Minimum 220 Ohm. Das
sollte fir alle alten bipolare ICs ausreichen.

Wer vorsichtig ist, kann alternativ auch alle Schutzwiderstande - bis auf die fir Pin 8, 9, 27 und 28 -
gegen 220 Ohm tauschen. Die Pins 8, 9, 27 und 28 kénnen 12V flihren und sollten dann bei 470 Ohm
belassen werden.

2. Schritt: Entfernung der Schutzwiderstande (nicht empfohlen):

Wenn bei eigenen Experimenten die Schutzwiderstdande stéren, kdnnen

diese (bis auf die Schutzwiderstdnde an Pin 8, 9, 27 und 28) entfernt
werden. Das ist nicht empfohlen und sehr riskant. Sollte ein IC, der eine

12V Spannungsversorgung bendtigt, einen internen Kurzschluss haben,
waren die I/O Ports dieser schutzlos ausgesetzt.
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3.7.5 Einsatz des Experimentier-/Breakout-Adapters

Beim 74182 (Look-Ahead Carry Generations) benétigen die gemeinsame Freigabe-Eingange einen
hohen Eingangsstrom von 14-16mA. Dieses IC ist i.d.R. nicht direkt prifbar. Die hier vorgestellte

Methode ist gleichzeitig ein Beispiel fur den Einsatz des Experimentier-/Breakout-Adapters.

Cp input

3.2 3.2
Finput -4.8 —4.8
Low-level F2input -6.4 —6.4
e input current Po,F1, or 53 input Vee = MAX, V=04V -8 —8 mA
GO or G2 input —14.4 _14.4
G1 input —16 —-16
Abbildung 3.89: Datenblatt 74182
Das 74LS182 kann hingegen ohne Probleme geprift werden:
Cn _ 04
Go. G2 _ —28
G1a. Pp. Pq -1.6 A Vin=04V
iIL Py -12 m Voo = MAX
P3 0.8
G B -3.2

Abbildung 3.90: Datenblatt 74LS182

Mit Hilfe des Breakout-Adapters kann auch dieses IC getestet werden. Hierzu wird ein 74LS07
eingesetzt, ein 6x Buffer mit Open-Collector Ausgangen, der in der Lage ist bis zu 40mA zu treiben. Die
Eingange des 74182, die mehr als 8mA bendtigen werden mit dem Ausgang eines Buffers verbunden.
Da der 74L.S07 Uber Open Collector Ausgange verfligt, werden Pull-Up Widerstande mit je 4.7k Ohm
eingesetzt. Der Eingang eines Buffers wird mit dem ZIF-Sockel des RCT verbunden.

Vee 46 ¥6 As v5 ad va

IM |I] |I? 'H |\E| |9 8

II l? ’j |4 |5 6 7
i a2

Y2 Al Y3 GND

Abbildung 3.91: 74LS07 (links), Schaltung (rechts)

Der 74LS07 wird auf ein Breadboard gesetzt. Die Versorgungsspannung wird vom RCT bereitgestellt.
Die Ausgange des 74LS07 werden mit je einem Pull-Up Widerstand versehen:
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Abbildung 3.92: 74LS07 auf dem Breadboard mit Pull-Up Widerstanden

Am Breakout-Adapter werden alle Pins aul3er Pins 1, 2, 3, 4, 5, 14 mit einem Jumper versehen.

61 [fr Uhe v
P12 5[]
GO Oz  1a[]
PO s 13
G3 [Is 12
P2 e 11[J
PO 10
GND EB g:l

> 74182 (16>
look—-ahead carry 9en

Chir OK - R9ain?

Abbildung 3.94: Vollstandiger Aufbau

Die Eingange des 74LS07 werden dann jeweils mit dem Socket-Leiste am Breakout-Adapter
verbunden, die Ausgange des 74LS07 mit der IC-Liste am Breakout-Adapter.
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3.7.6 Testen von Multivibratoren (74121, 74122, 74123 et. al.)

Die Multivibratoren 74121, 74122, 74123, 74130, 74221, 74422, 74423 und 8T22 bendtigen zur
korrekten Funktion einige externe Komponenten (mindestens einen Widerstand und Kondensator), die
durch einen Adapter zur Verfligung gestellt werden.

Abbildung 3.95: Adapter in 74123/74130/74221/74423 Konfiguration
Der Adapter besitzt drei Pinheader:

e 2x5 Pins fur 74121,
e 2x5 Pins flir 74122, 74422 and 8T22,
e 2x7 Pins flr 74123, 74130, 74221 und 74423.

Zur Auswahl des zu prifenden ICs missen entsprechend Jumper gesetzt werden. Ein Jumper - jeweils
fur 74121 und 74122/74422 - ist mir ,Rint‘ gekennzeichnet. Dieser kann bei Bedarf gesetzt werden,
wenn der interne Widerstand verwendet werden soll.

Vier Pinheader sind mit ,RextCext“ und ,Cext“ gekennzeichnet. Die Positionen 1 bis 4 dienen dazu eine
aus vier Widerstand/Kondensator-Kombinationen auszuwéahlen. ,RextCext2“ und ,Cext2“ wird nur bei
den ICs 74123, 74130, 74221 und 74423 verwendet.

> 74123 C16>
280998 us duration

Done - A9ain?

Abbildung 3.96: 74123 mit gesetzter Pos 1 und Pos 3

Die Abbildung zeigt einen 74123 bei dem der erste Multivibrator in der Position 1 (10k Ohm und 100nF)
und der zweite Multivibrator in der Position 3 (10k Ohm und 470nF) getestet wird.
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Es wird am Ende des Tests kein ,PASS* oder ,FAIL* ausgegeben, sondern die gemessene Zeit in
Microsekunden. Die folgende Tabelle zeigt, welche Werte bei den ICs ungefahr zu erwarten sind.

Typ Konfig. LS HC HCT
74121 A 1: 750
2: 1480
3. 3520
4: 6660
74121 A 1: 120
mit Rint 2: 240
3: 580
4: 1080
74122 B 1: 300 1: 350
2: 600 |2 690
3: 1160 3: 1460
4. 2270 | 4. 2850
74122 B 1: 150
mit Rint 2: 300
3: 590
4: 1140
74123 C 1: 270 1: 370 1: 450
2: 540 | 2: 740 2: 910
3: 1000 3: 1530 3: 1570
4. 1970 | 4. 2870 4: 3480
74130 C ?
74221 C 1: 790 |[1: 1160
2: 1570 |2: 2320
3: 3520 |3: 4890
4: 6920 |4: 10090
74422 B ? ?
74423 C 1: 360 | 1: 440
2: 720 | 2: 880
3: 1460 |3: 1660
4: 2760 | 4. 3370
8T22 B ?
(kein Rint)

Alle Angaben in der Tabelle sind in Microsekunden. Bei den Werten handelt es sich um ungefahre
(gemessene) Werte und sind abhangig von den Toleranzen der eingesetzten Widerstande und
Kondensatoren. A, B, C geben die Konfiguration an.

Fir die einzelnen Positionen werden folgende Werte standardmaRig verwendet:

e Position 1: 10k Ohm / 100nF
e Position 2: 10k Ohm / 220nF
e Position 3: 10k Ohm / 470nF
e Position 4: 10k Ohm / 1000nF

Bei Bedarf kdnnen auch andere Werte auf dem Adapter verwendet werden. Fir das erwartete Ergebnis
ist dann das entsprechende Datenblatt zu konsultieren. Die Aufldsung des Timers betragt 10us.

Wird kein Adapter benutzt, kdnnen die Komponenten auch direkt in den ZIF-Sockel gesteckt werden.



Retro Chip Tester Pro Seite 111 © 2019-2025 http://8bit-museum.de

3.7.7 Testen von Multivibratoren (CD4098, CD4528, CD4538, DM9602)

Die Multivibratoren CD4098, CD4528, CD4538 und DM9602 bendtigen einige externe Komponenten
(mindestens einen Widerstand und Kondensator), die durch einen Adapter zur Verfligung gestellt
werden.

Abbildung 3.97: Adapter flir CD4098, CD4528, CD4538, DM9602 mit gesetzter Pos 1

Vier Pinheader sind mit ,RextCext* und ,Cext* gekennzeichnet. Die Positionen 1 bis 4 dienen dazu eine
aus vier Widerstand/Kondensator-Kombinationen auszuwéahlen.

Es wird am Ende des Tests kein ,PASS* oder ,FAIL* ausgegeben, sondern die gemessene Zeit in
Microsekunden. Die folgende Tabelle zeigt, welche Werte bei den ICs ungefahr zu erwarten sind.

Typ 1: 100nF | 2: 220nF | 3: 470nF | 4: 1000nF
CD4098 400 800 1150 2700
CD4528 450 950 1500 3700
MC14528 220 430 1070 2180
SCL4528 300 580 1350 2840
TC4528 310 590 1450 2910
CD4538 700 1500 2400 5800

Alle Angaben in der Tabelle sind in Microsekunden. Bei den Werten handelt es sich um ungefahre Werte
und sind abhangig von den Toleranzen der eingesetzten Widerstande und Kondensatoren.

Fir die einzelnen Positionen werden folgende Werte standardmaRig verwendet:

e Position 1: 10k Ohm / 100nF
e Position 2: 10k Ohm / 220nF
e Position 3: 10k Ohm / 470nF
e Position 4: 10k Ohm / 1000nF

Bei Bedarf kdnnen auch andere Werte auf dem Adapter verwendet werden. Fir das erwartete Ergebnis
ist dann das entsprechende Datenblatt zu konsultieren. Die Aufldsung des Timers betragt 10us.

Wird kein Adapter benutzt, kdnnen die Komponenten auch direkt in den ZIF-Sockel gesteckt werden.
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3.7.8 Testen von erweiterbaren Logik-ICs (,,Expander)

Erweiterbare ICs kénnen zwar getestet werden, da die speziellen Expander-Eingange aber keinen TTL-
Pegel fuhren, sind Tests nur eingeschrankt mdglich. Dieses bedeutet, dass

o das Verhalten der Expander-Ausgange nicht geprift wird,
e gdf. die Expander-Eingange isoliert werden mussen, damit ein Test durchlauft.

Die Expander-Ausgadnge werden wie open-collector Ausgange gepruft. Damit sollte es keine
Einschrankungen bzgl. der Tests geben.

Folgende Logik-IC besitzen Expander Ein- bzw. Ausgange:

Bezeichnung | Expander Bemerkung

7423 Eingange ggf. Pins 1 und 15 isolieren

7450 Eingange ggf. Pins 11 und 12 isolieren

7452 Eingange ggf. Pin 9 isolieren

7453 Eingange ggf. Pins 11 und 12 isolieren

74H55 Eingange ggf. Pins 5 und 9 isolieren

7460 Ausgange Expander flr 7423, 7450, 7453, 74H55
7461 Ausgange Expander flr 7452

7462 Ausgange Expander flir 7450, 7453, 74H55
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3.7.9 Identifizieren unbekannter Logik-ICs

Der RCT kann versuchen unbekannte ICs zu identifizieren. Unter dem Menlpunkt ,ldentify Logic IC*
wird zunachst die Pinzahl des zu identifizierenden ICs gewahlt: 14, 16, 18, 20, 24 Pins.

Search logic: 14 pin

Abbildung 3.98: Identifizieren von ICs mit 14 Pins

Mit OK wird der Suchvorgang (74xx und 4xxx) gestartet, mit einem langen Druck auf OK, wird die
gesamte Datenbank durchsucht (Anzeige ,(all)* im Display). Wird ein IC gefunden, kann mit OK
weitergesucht werden und mit FUNC/TOP die Suche beendet werden.

Ein paar Warnhinweise:

e Bei einem IC mit N Pins wird grundsatzlich Pin (N/2) auf GND und Pin N auf Vcc
kurzzeitig gelegt. ICs mit anderer Pinbelegung kdnnen dadurch Schaden erleiden. A

o Defekte ICs kdnnen nicht identifiziert werden oder werden fehlerhaft identifiziert.

o Viele ICs kénnen nicht eindeutig erkannt werden, z.B. NAND-Gatter gibt es in mehreren
Auspragungen mit identischer Pinbelegung oder ICs mit ,nc“ Pins.

¢ ICs mit Open Collector und Tristate Ausgangen kénnen aus technischen Griinden nicht immer
eindeutig identifiziert werden.

e Es ist nicht auszuschlieRen, dass ICs fehlerhaft identifiziert werden, insbesondere, wenn die
gesamte Datenbank durchsucht wird.

e Es wird nur versucht ICs aus der 74xx und 4xxx Serie zu identifizieren (Typen aus der DM, DS
etc. Serien werden nicht versucht zu erkennen).

Warum manche ICs manchmal falsch identifiziert werden

Je mehr Ausgange ein IC besitzt und je mehr Abhangigkeiten zu den Eingangsmustern existieren, umso
einfacher ist das IC eindeutig zu identifizieren. Der RCT verwendet Kombinationen von Testmustern,
um einen IC zu identifizieren. Da der RCT Uber 1200 ICs in seiner Datenbank verwendet, ist es durchaus
moglich, dass auch ein anderes IC auf dasselbe Testmuster anspricht.

Ein konstruiertes Beispiel:

Manche ICs haben nur sehr wenige Ausgange, z.B. haben Schieberegister manchmal nur einen
einzigen Ausgang.

Ein Schieberegister kdnnte den folgenden Testvektor besitzen (sehr stark vereinfacht, keine
Spannungsversorgung, nur ein Ausgang): 10100111H. Am Ausgang liegt ein High an, wenn an den
acht Eingangen das vorausgehende Bitmuster anliegt.

Ein unbekanntes Gatter wird nun versucht zu identifizieren (in diesem Beispiel ein Triple 2-Input OR-
Gatter). Das Gatter besitzt folgende Pinbelegung abyabyaby (ab = Eingange, y = Ausgang).

Wenn der Schieberegister-Testvektor an das unbekannten IC angelegt wird, stimmt er Gberein: Der
einzige Ausgang ist H, die beiden Bits davor sind 11 (also ist das Ergebnis der OR-Verknlpfung ein H).

Um die Erkennung konfliktfrei zu gestalten, missen die Testpattern das IC trotz Stichprobe mdglichst
genau eindeutig beschreiben. Bei 1200 ICs ist das nicht trivial. Wenn ich Feedback zu fehlerhaften
Identifizierungen bekomme, kann der Test ggf. verbessert werden.
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3.8 Testen von sonstigen Bausteinen

Es kénnen einige sonstige Bausteine getestet werden, wie z.B. 7-Segement Anzeigen. Diese sind im
Menupunkt ,Misc Tests* zusammengefasst.

Abbildung 3.99: Aufruf der sonstigen Tests
Die Bausteine werden vergleichbar den TTL-Bausteinen in den Tester eingesetzt.

Beispiel: Ein Segment mit Punkt (DP = Dot Point), gemeinsame Anode (CA = Common Anode) an den
Pins 3 und 8 als Schaltplan und mit der Anzeige im Menu:

3,8

\

111 'y
G DP
i

J :

LED 1x7 Seg., DP, CA: 3,8

o]

H ]0

Wenn unklar ist, um welchen Baustein es sich handelt, den Widerstand zwischen den Pins 3/8, 1/6 bzw.
7/9 messen (bei Anzeigen aus zwei Segmenten entsprechend). Bei 0 Ohm ist der entsprechende
Baustein identifiziert.



Retro Chip Tester Pro Seite 115 © 2019-2025 http://8bit-museum.de

3.8.1 Visual Fuzzy Test

LEDs, 7-Segement- und Matrix-Anzeigen kénnen auch Uber den Menlpunkt ,Visual Fuzzy Test
getestet werden. Mit OK wird der Test Ein- bzw. Ausgeschaltet. Der zu testende Baustein kann an
beliebiger Stelle in den Sockel eingesetzt werden.

Der Test wird mit max. 5 mA durchgefiihrt. Da die Spannung gepulst ist, sollten Low-Power LEDs keinen
Schaden nehmen.

Visual Fuzzy Test UVisual Fuzzy Test
Press OK or TOP : ?rgﬁs)OK or TOP

< ON >

Uisual Fuzzw Test
Press 0K or TOP
< ON >

Abbildung 3.100: Visual Fuzzy Test

Bei alteren LEDs ist die Helligkeit evtl. nicht sehr hoch, da diese oft einen héheren Strom bendtigen.

Abbildung 3.101: LEDs alterer Bauart
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3.8.2 Testen von Joysticks

Mit Hilfe des Joystick Adapters kann schnell die Funktion eines Joysticks getestet werden. Es werden
nur Atari-kompatible Joysticks unterstitzt. Die ,Auto-Fire“-Funktion kann getestet werden, sofern der
Joystick nicht mehr als 10mA bendtigt.

7l

Joustick Test
Press TOP to exit

| Jowstick: FIRE

|

By

Abbildung 3.102: Joystick Adapter
Die Anzeige ,UP“, ,.DN“ LT ,RT* ,FIRE" zeigt an, ob eine Aktion erkannt wurde.
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3.9 Auslesen von PALs (Programmable Array Logic)

Die 20-poligen ICs der PAL- und GAL-Familie verfigen Uber ein Sicherheitsbit, welches ein Kopieren
des Chips verhindern soll. Die zugrundeliegenden Logikgleichungen konnen aber mit mehr oder
weniger Aufwand rekonstruiert werden, wenn alle méglichen Eingabekombinationen durchgegangen
werden und die zugehdrigen Ausgaben protokolliert und anschliefend analysiert werden. Auf diese
Weise kann eine Kopie erstellt werden, die logisch dem Original entspricht.

Dieser Ansatz funktioniert bei folgenden ICs nicht:
. PAL Architectures GAL16VE
e allen ,registered” PALs (PAL16R4, PAL16RG6, Emulated by GAL16V8 Global OLMC Mode
PAL16R8 usw.) pre Regictered
o allen GALs, die ,registered® konfiguriert 16R6 R:g::t:::d
16R4 Registered
wurden (GAL16V8 usw.) 16RPS R:g:::::z p
ey e N . . . 16RP6 Registered
Grundsatzlich kdénnen nur reine kombinatorischen 16RP4 Registered
Logik-ICs so analysiert werden und keine ICs. Auch 16L8 Complex
rein kombinatorische Logik-ICs, die Latches durch 16H8 Complex
. . o . o . 16P8 Complex
kombinatorische Logik implementieren, kdnnen nicht
analysiert werden. e g:mg::

. . . . 14L4 Simple
Ein GAL16V8 kann ,simple“ (kombinatorisch), 16L2 Simple
Jregistered” oder ,complex“ konfiguriert werden. Es e e
kénnen nur rein kombinatorische Konfigurationen 1;:; gimp:e
ausgegeben werden. Ist Pin 11 (/OE) mit GND und 10P8 SEQE.Z
Pin 1 (CLK) mit einer Taktquelle oder einem Schreib- i g:mz::
Strobe verbunden, wird der GAL vermutlich 16P2 Simple

.registered” betrieben.

Eine weitere Einschrankung ist, dass Tri-State Ausgange nicht erkannt werden kénnen. Hierzu ware
zusatzliche Hardware notwendig.

Die in der Tabelle rechts als ,simple* aufgefiihrten PALs bzw. durch einen GAL16V8 emulierten
Bausteine konnen kombinatorisch ausgelesen werden. Die mit ,complex® bezeichneten Bausteine
konnen u.U. ausgelesen werden.

INPUTS
CLK INPUTS

ol

° <o o (5

IEIEa

© regt° o5

L?E

o T2 o CF5

:

PAL16L8 (kombinatorisch) PAL16RS8 (,registered®)

™|

& e o« -7
[DI

o e oE 5]

o Ge? oI5
[OI

© TP o 54

© Chegt? o>
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3.9.1 Vorbereitung

Diese Funktion ist nur zusammen mit einer SD-Karte, welche die gelesenen Werte in Form einer
Wahrheitstabelle aufnimmt, sinnvoll einsetzbar.

Hierzu muss in der Konfiguration die Unterstutzung flr SD-Karten eingeschaltet werden und der Micro-
SD Kartenadapter muss mit dem Chip-Tester verbunden werden. Der Anschluss ist in Kap. 5
beschrieben.

Das Auslesen eines PALs wird Uber den folgenden Menupunkt (bzw. ,PAL 24pin“) ermdglicht:

Abbildung 3.103: Menu ,PAL"

Die Verwendung dieses Features ist dhnlich dem Auslesen eines ROMs oder EPROMSs, d.h. wird bei
eingeschalteter Unterstitzung:

... die OK Taste lang gedruckt, so wird der Inhalt des PALs in eine Datei geschrieben.
... die OK Taste kurz gedriickt, wird Uber die ermittelten Ausgangswerte nur eine CRC32 berechnet.

Der CRC32-Wert ist z.Zt. wertlos, er wird derzeit benutzt, um der Ausgabedatei auf der SD-Karte einen
eindeutigen Namen zu geben. Er kann ggf. dazu verwendet werden, zwei Bausteine miteinander zu
vergleichen.

Im nachsten Schritt muss der Baustein definiert werden, es muss festgelegt werden, welche Pins zur
Eingabe- und welche Pins zur Ausgabe verwendet werden.

Einstellung (,OK* kurz gedrtickt) Einstellung (,OK* lang gedrtickt)

Voreingestellt ist ein PAL10H8 bzw. PAL10LS8, der an den Pins 1 bis 9 und 11 Gber Eingange und an
den Pins 12 bis 19 Uber Ausgange verfligt. GND liegt an Pin 10 und Vss an Pin 20 an.
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10 1 200 WVcc
11 2 19| o7
12 3 18| Co
13 4 17| 05
14 5 la| O4
15 B 15| O3
16 7 14| G2
7 a 13| 01
13 9 12| Co
GMND | 10 11 19

Abbildung 3.104: Vorbelegter PAL10H8 bzw. PAL10L8

Der Pin mit der niedrigeren Nummer ist dabei dem niederwertigeren Bit zugeordnet.

Die Belegung kann Uber das Tastenfeld geandert werden. Durch Druck von SELECT und JUMP
gleichzeitig wird zwischen den zwei Gruppen [IO-] und [GV] umgeschaltet. Durch Driicken von JUMP
wird dann innerhalb der gewahlten Gruppe durchgeschaltet, also [I]] = Eingabe > [O] = Ausgabe >
[-] = Ignoriert bzw. [G] = GND - [V] = Vss. Mit SELECT wird der nachste Pin ausgewahlt. OK startet
den Auslesevorgang.

Achtung:

Es werden maximal 8 Ausgabe-Pins unterstitzt. Sind mehr angewahlt werden nur die
unteren 8 Bit (also die ersten acht als Ausgabe definierten Pins) gespeichert!

Werden mehr als acht Masse bzw. Vcc definiert, werden nur die ersten acht Definitionen
beachtet.

Die zuletzt eingestellte Belegung bleibt bis zum nachsten RESET erhalten.

> B> P
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3.9.2 Starten des Auslesevorgangs

Wird der Auslesevorgang gestartet, wird zunachst flr 5 Sekunden die Konfiguration angezeigt:

FHL

1.7
Size:d
oo/ Encs

Abbildung 3.105: PAL10H8/PAL10L8: 10 Eingange, 8 Ausgange, 1024 Eingangskombinationen
Vcce = Pin 20 und GND = Pin 10

Danach wird der Auslesevorgang gestartet und am Ende eine CRC32 angezeigt, die Giber die ermittelten
Ausgabewerte berechnet wurde. Dieser Wert wird als Dateiname flr eine Binardatei verwendet, welche
die Ausgabewerte (maximal 8) speichert.

Abbildung 3.106: PAL mit CRC32

Weiterhin wird eine CSV-Datei gespeichert, die alle Eingabewerte mit den dazugehérigen
Ausgabewerten beinhaltet. Die erste Zeile beinhaltet die Pin-Nummern bezogen auf einen 20- oder 24-
poligen IC.

Ja nach Anzahl der Eingange kann der Speichervorgang einige Minuten dauern.

Mehr Informationen dazu in Kapitel 8.
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3.9.3 Weitere Moglichkeiten fiir den Einsatz mit Beispiel

Die PAL-Auslesefunktion kann grundsatzlich fir alle Chips verwendet werden, die rein kombinatorisch
arbeiten. So kann z.B. auch das Verhalten eines normalen 7400 damit aufgezeichnet werden. Hierzu
mussen die Ein- und Ausgange des Chips vorgegeben werden. Da der 7400 nur Gber 14 Pins verflgt,
sind die Pins 8 bis 13 in dem ,virtuellen 20-poligen Sockel“ nicht belegt und missen ignoriert werden.
Die Spannungsversorgung ist an Pin 7 (GND) und Pin 14 (Vss) des ICs bzw. Pin 20 des Sockels.

Vee

[<] [] 2] [u] [oo] [e] [e]

123456728901 234567

1101105 011011 )

Abbildung 3.107: Definition eines 7400 (4-fach NAND)

Im nachsten Schritt bekommen wir die Konfiguration angezeigt:

i
ALK '
o %

=l

186

Abbildung 3.108: 7400 (4-fach NAND): 8 Eingange und 4 Ausgange, 256 Eingangskombinationen
Vcce = Pin 20 und GND = Pin 7 (Achtung: Zahlung bei einem 20-poligen Socket)

Nach dem Auslesen befinden sich zwei Dateien auf der SD-Karte.

Eine Binardatei, die nur die Ausgabewerte beinhaltet (da vier Ausgange vorhanden sind, sind diese in
den unteren 4 Bits gespeichert):

0o000000 Of Of Of UOe Of Of Of 0Oe Of Of Of Oe Od Od 04 Oc
Qo000010 Of Of Of Oe Of Of Of Oe Of Of Of Oe Od Od 04 Oc
Qooo00z0 Of Of Of Oe Of Of Of Oe Of Of Of Oe Od Od 04 Oc
00000030 0Ok 0Ob Ob UOa 0Ob Ob Ob Oa Ob Ob 0Ok Ca 0% 05 05 O8
Qooo0040 Of Of Of Oe Of Of Of Oe Of Of Of Oe Od Od 04 Oc
Q0o000050 Of Of Of Oe Of Of Of Oe Of Of Of Oe Od Od 04 Oc
Q00000060 Of Of Of Oe Of Of Of Oe 0Of Of Of Oe Od Od 04 Oc
Q0000070 0k 0Ok Cb Oa 0Ob Ob Ok Oa Ok Ob 0k Ca 09 05 05 O8
0o0o00080 Of Of Of Oe Of Of Of Oe Of Of Of Oe Od Od 04 Oc
Qo0000%0 Of Of Of Oe Of Of Of Oe Of Of Of Oe Od Od 04 Oc
Q00000a0 Of OL Of Oe OL OL Of Oe OL Of Of Oe Od Od 04 Oc
000000b0 Ob Ob Ob UOa 0Ob Ob Ob Oa Ob Ob Ob 0Oa 09 05 09 08
Qooo00cO 07 07 07 06 07 07 07 06 07 07 07 06 05 05 05 04
gooooodo oY 07 0V 06 07 07 07 06 07 07 07 06 05 05 05 04
000000e0 07 07 07 06 07 07 O7 06 07 O7 07 06 05 05 05 04
Q00000£0 03 03 03 02 03 03 03 02 03 03 03 0z 01 01 01 0O

Abbildung 3.109: Datei: d9bb1c56.bin
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Und eine CSV-Datei, die sowohl die Ein- als auch die Ausgabewerte in lesbarer Form beinhaltet (hier
nur die ersten 20 Werte von insgesamt 256 Werten):

o0 0 0000000000000 o000
000 0000000000000 0000
o0 0 0000000000000 o000
= O 00000 0000000000 ;W
000 0 KRR RRRRRRRBRROO DO OO OO W00
=R =R =R =R e T - R = = T = R e e R R T T S Y
== == == == == I *]
=R D RO RO RO R DD RO R DD
R R R R N e N e e R )
R e e e e e R R e e e e R R e e
A - - - R e N e R R e R R e R e R I - -
=R R R = R e - i - R - N R e R e R ]
I

Abbildung 3.110: Wahrheitstabelle

Die erste Zeile (in grau) beinhaltet die Pin-Nummern bezogen auf einem 20-poligen Sockel. Die gelbe
Zeile wurde zu Verstandnisgriinden hinzugefligt und beinhaltet die korrigierten Pin-Nummern bezogen
auf einen 14-poligen Sockel.

Sehr schon ist das Verhalten der Ausgange an Pin 3 und Pin 6 zu erkennen, die immer dann LOW sind,
wenn beide Eingange, also Pin 1/2 bzw. Pin 4/5, auf HIGH sind (NAND-Gatter).

Die Binardatei enthalt die Werte der rechten Spalte:

e 1. Byte den Wert 0x0f (1111)
e 2. Byte den Wert 0x0f (1111)
e 3. Byte den Wert Ox0f (1111)
o 4. Byte den Wert 0x0e (1110)
e usw. bis zum 256. Byte

Nachdem die Wahrheitstabelle erzeugt wurde, beginnt der u.U. knifflige Teil: Die Schaltungssynthese,
in der aus der Wahrheitstabelle die Funktionsgleichung als disjunktive oder konjunktive Normalform
erstellt wird. Ein wesentlicher Bestanteil ist die Optimierung und das Finden von minimierten
Funktionsgleichungen mit den De Morganschen Gesetzen und der Schaltalgebra. Auch KV-Diagramme
kénnen bei der Optimierung helfen, zumindest wenn wenige (bis zu vier) Eingabevariablen vorhanden
sind.

Weitere Links:

e https://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche Funktion

o https://de.wikipedia.org/wiki/Disjunktive _Normalform

o https://de.wikipedia.org/wiki/Vollkonjunktion

o hitps://de.wikipedia.org/wiki/Karnaugh-Veitch-Diagramm



https://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Funktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Disjunktive_Normalform
https://de.wikipedia.org/wiki/Vollkonjunktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Karnaugh-Veitch-Diagramm
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3.9.4 Alternative Moglichkeit PALs und GALs zu rekonstruieren

RCT-HQ gibt keinen Support fiir die folgend genannte Software!

Eine weitere Methode die Logikgleichungen eines PALs bzw. GALs zu rekonstruieren ist auf der
Website

http://dreamjam.co.uk/emuviews/readpal.php

beschrieben.

Der Adapter ist sehr simpel. Im Grunde werden 8 Adressleitungen als Pullup/Pulldown fir die
Datenleitungen verwendet, um den Zustand der I/O Pins zu ermitteln.

Abbildung 3.111: SecurePAL16v8 Adapter

Die auf der Website verdffentlichte Software ist schon recht alt, sie ist aber funktionsfahig. d.h. man
kann ein PAL16x8 bzw. GAL16x8 mit dem RCT "dumpen" und mit der Software eine PLD-Datei
erzeugen, die mit WinCUPL minimiert werden kann (es gelten die gleichen Einschrankungen wie bei
der oben bereits beschriebenen RCT Methode).

Die Vorgehensweise ist grundsatzlich wie folgt:

1. Mit Hilfe des Adapters den PAL als 272001 (im Menu EPROM) speichern.
. Die Software von o0.g. Website erzeugt aus der BIN-Datei eine PLD-Datei fiur WinCUPL.
3. WinCUPL minimiert die Terme und erzeugt eine JED-Datei mit der ein PAL/GAL programmiert
werden kann.

Download-Link fir WinCUPL: https://www.microchip.com/en-us/development-tool/wincupl

Die Gerber-Dateien fur den Adapter sind auf der RCT-Firmware Seite verfugbar.



http://dreamjam.co.uk/emuviews/readpal.php
https://www.microchip.com/en-us/development-tool/wincupl
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3.10 Testen von SOIC (SOP) Bausteinen

Mit Hilfe eines Adapters kdnnen grundsatzlich auch ICs in den Bauformen SOIC bzw. SOP getestet
werden. Diese Adaptersockel sind fiir wenige Euro auf gangigen Marktplatzen erhaltlich.

FERSRRNAR

RERRRERRERNNA}

S
(AR NS

-

Abbildung 3.114: SOIC-16 Adapter
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3.11 Einfacher Taktgenerator

Im Logik-Menu stellt der RCT einen einfachen Taktgenerator zur Verfugung. Der Takt wird an ZIF23
ausgegeben (5V, max. 8 mA) und umfasst den Frequenzbereich von 300 Hz bis 8 MHz.

S Se—mime s A;.'_A-i. \. — ,77.:-..,,2_A'v77;;-_‘

- Clock Generator
1: 8886668 Hz

P 218 A A A O

3 (< e e e thie the e Y (LY ‘“‘(7"3*U~L')i
Abbildung 3.115: Taktgenerator

Der Takt wird vom Prozessor per PWM-Timer erzeugt, er wird vom 16 MHz Prozessortakt tber interne
Teiler abgeleitet, damit sind nur bestimmte Frequenzen mdglich:

e 1.000, 1.333, 1.666, 2.000, 2.666, 3.200, 4.000, 5.333, 8.000 MHz

e 100, 166.666, 200, 266.666, 301.886, 320, 400, 500, 592.592, 666.666, 696.652, 800 kHz
e 10, 20, 30.018, 40, 50, 59.925, 69.868, 80, 89.887 kHz

e 1,2,3,4,5,5.999, 6.999, 8, 8.998 kHz

e 300, 400, 500, 599, 700, 800, 899 Hz

Ein relativ gutes Rechtecksignal ist nur bis 1 MHz vorhanden.

Der Takt wird mit OK Ein- bzw. Ausgeschaltet.
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3.11.1 Takterzeugung: nicht-liberlappender Takt bzw. Quadratur-Takt

Mit Hilfe des Clock Generator Adapters (Taktgenerator Adapter) kdnnen aus dem bereitgestellten
Taktsignal folgende zusatzliche Takte erzeugt werden:

e Takt und invertierter Takt, Pin C und /C
e nicht-Uberlappender Takt und invertierter Takt (non-overlapping clock), Pin C1 und C2

e Quadratur Takt (quadrature clock), Pin Cq und Ce

Abbildung 3.116: Taktgenerator Adapter

Es kénnen Taktsignale bis zu 8 Mhz erzeugt werden. Der Quadraturtakt kann bis zu 2 MHz betragen.

Abbildung 3.117: nicht-Uberlappend / invertierter Takt (links), Quadratur-Takt (rechts)

Der Jumper JP1 muss auf Pin 1-2 gesetzt werden oder sollte durch eine Drahtbrticke zwischen Pin 1-2
ersetzt werden.

An J4 muss die Spannungsversorgung (5V und GND) angelegt werden. Sie wurde absichtlich nicht
schaltbar gestaltet, so dass keine Spannungsabfalle entstehen kénnen.
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3.12 Einfacher Frequenzzahler

Im Logikmenu stellt das RCT einen einfachen Frequenzzahler zur Verfigung, der mit und ohne
speziellen Adapter verwendet werden kann.
Ohne Adapter:

Im Mena ,Fin/2MHz* wahlen. Das Signal muss an ZIF25 anliegen (min. 2,5V, max. 5V) und deckt den
Frequenzbereich von 1 Hz bis 2 MHz ab. Masse kann am Spannungssockel abgegriffen werden.

Mit “Frequency Counter” Adapter:

Es gibt zwei Modi: ,Fin“ und ,Fdiv¥. ,Fin“ entspricht der Betriebsart ohne Adapter, ,Fdiv* nutzt einen
Vorteiler, so dass hohere Frequenzen gezahlt werden kdénnen (theoretisch bis 32 MHz). Der Adapter
wird an den Spannungssockel zwischen Display und DC/DC-Modul (GND und 5V) angeschlossen.

Wenn Frequenzen bis zu 2 MHz gezahlt werden sollen, den Jumper auf ,Fin“ stellen und das Signal mit
.Fin“ und ,GND* verbinden. Im Menl muss ,Fin/2 MHz" angezeigt werden.

- Fresuency counter
Fia2 EHﬁ {Pin 25>

Abbildung 3.118: Frequenzzahler (“Fin” Modus, bis 2 MHz)

Wenn Frequenzen bis 32 MHz gezahlt werden sollen, den Jumper auf ,Fdiv“ stellen und das Signal mit
,Fdiv‘ und ,GND*“ verbinden. Im Menu muss ,Fdiv/xx MHz* angezeigt werden (xx = 4, 8, 16, 32). Mit
SELECT kann der gewunschte Modus ausgewahlt werden. Mithilfe des Adapters wird das Signal zudem
gefiltert und verstarkt.

Freauensy counter |
Fdiv-4 gHﬁ <Pin 25> 7}
z 4

Abbildung 3.119: Frequenzzahler (“Fdiv’ Modus, bis 32 MHz)
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Genauigkeit am Eingang ,,Fin/2MHz*:

Frequenz Abweichung (Hz)

1 Hz 0 Hz

10 Hz 0 Hz

100 Hz 0 Hz

100 Hz — 100 kHz 0 Hz
100 kHz — 750 kHz +/-1Hz
750 KHz — 1 MHz +/- 2 Hz
1 MHz - 4 MHz +/-15 Hz
4 MHz - 7,5 MHz +/- 30 Hz

Hinweise:

Der RCT kann am Eingang ,Fin/2MHZz" Takte bis zu 7,5 MHz relativ genau zahlen. Bei Frequenzen ab
2 MHz, steigt aber der Fehlerfaktor und das Taktsignal muss relativ sauber vorliegen. Mit der
Adapterplatine als Vorteiler wird der Fehlerfaktor entsprechend hoéher.

Fur die in der Tabelle genannten Werte, muss der Takt des ATmega2560 bei mdglichst exakt 16 MHz
liegen. Hierzu muss ein guter Quarz verwendet werden und ggf. die 22pF Kondensatoren angepasst
werden (30 pF Trimmer verwenden).
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4 Programmieren von EPROMs

Ab der Firmwareversion v.20 kann der RCT auch EPROMs programmieren. Zur Programmierung wird
jeweils ein einfacher Adapter bendétigt, der die notwendige Programmierspannung zur Verfigung stellt.
Weiterhin ist der SD-Kartenadapter notwendig und eine SD-Karte, welche die zu programmierende
Binardatei enthalt.

Bitte beachten:

Der RCT istin erster Linie ein Tester, kein Programmierer. Es ist aber nicht auszuschlie3en,
dass in Zukunft weitere Bausteine unterstutzt werden. Es wird sich dann aber hauptsachlich
um ICs handeln, die von blichen Programmierern nicht mehr unterstitzt werden.

Es ist nicht garantiert, dass sich ein EPROM eines jeden Herstellers programmieren lasst. Der RCT
unterstitzt nur Standard-Algorithmen.

Die Stromaufnahme des EPROMs sollte nicht zu hoch sein. Idd (12V) sollte 50mA nicht Uberschreiten
und die Verlustleistung sollte 800mW fur Iangere Zeit nicht Gberschreiten.

Der RCT sollte beim Programmieren von EPROMs am besten Uber ein USB-Netzteil (mindestens 2A)
versorgt werden. Eine Versorgung tber den Hohlstecker ist zwar madglich, dabei kann aber - abhangig
vom EPROM - der Linearregler (7805) auf der DC/DC-Platine Uberlastet werden (Temperatur
beachten(!)). In diesem Fall regelt dieser ab und es kann zu einem Neustart des Testers kommen.

Vor dem Programmieren eines EPROMs muss die jeweilige Programmierspannung eingestellt werden.
Im nachfolgenden Kapitel wird dieser Vorgang beschrieben.

Bei der Handhabung mit den Programmieradaptern bitte darauf achten, keinen Kurzschluss mit anderen
Bauteilen zu verursachen. Insbesondere beim Anschluss der Spannungsversorgung bitte duferst
sorgfaltig vorgehen. Ein Kurzschluss bzw. Uberspannung auf dem Mainboard kann den ATmega2560
zerstoren.

Leertest:

Vor dem Programmieren wird ein Leertest des EPROMs durchgefihrt. Dieser kann Ubersprungen
werden, wenn die OK Taste lange gedrickt wird.
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Kompatibilitatsmatrix:

Um ein EPROM zu programmieren, wird ein entsprechender Adapter bendtigt, der die
Programmierspannung bereitstellt. Die folgende Tabelle zeigt, welche EPROMs programmiert werden
kdénnen:

Programmierbare EPROMs ‘
EPROM Menii Bendtigter Adapter | Spannung (Vpp)
2708 2708 2708 Adapter 26V
2516 25V
2758 [1] 25V
2716 2716 2716/2532 Adapter 25V
2716 B 125V
HN48016 (*) 25V
TMS2716 TMS2716 TMS2716 Adapter 25-27V
2532 2532 2716/2532 Adapter 25V
2732 25V
2732 A 2732 2732 Adapter 21V
2732 B 125V
2564 2564 2564 Adapter 25V

(*) EEPROM mit 25V Vpp
Bitte unbedingt das Datablatt bzgl. der erlaubten Spannung konsultieren.
Bemerkungen:

[11 Der 2758 ist praktisch ein 2716, bei dem entweder die unteren oder oberen 1 kByte defekt sind
und Ar (Pin 19) entsprechend gesetzt werden muss. Er lasst sich als 2716 mit einem Trick
programmieren: Die 1 kByte missen zweimal hintereinander in der Datei stehen. Damit wird der
Chip dann einmal mit Ar=0 (A10=0) programmiert und einmal mit Ar=1 (A10=1).

Ebenso sollte sich der TMS2508 so programmieren lassen. Hier wird dann aber die
Speichermatrix gleich zweimal programmiert (Pin 19 ist nc). Dieses wurde aber noch nicht
getestet.
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4.1 Einstellen der Programmierspannung (Vpp)

Beim Programmieren von EPROMs unbedingt auf die korrekte Programmierspannung (Vpp) achten.
Diese kann dem Datenblatt entnommen werden. Der Step-Up Regler des Programmieradapters muss
mdglichst genau auf diese Spannung eingestellt werden. Ist diese zu niedrig, schlagt die
Programmierung fehl, ist diese zu hoch, kann der Speicher beschadigt werden (die maximalen Werte
konnen dem Datenblatt entnommen werden).

Zum Einstellen von Vpp den Step-Up Regler zunachst mit 5V verbinden. Hierzu bieten sich zwei
Varianten an:

1. Anschluss an eine externe 5V Spannungsquelle (der Adapter darf sich nicht im Tester befinden)
= Die 5V werden fur am Modul vorne links angeschlossen, GND/Vss vorne rechts

oder

2. Anschluss an die Sockelleiste (zwischen DC/DC-Modul und Display) an Vcc (5V) und GND.
= Die Adapterplatinen verfiigen Gber einen Vcc/GND Anschluss, der zum Anschluss verwendet
werden sollte.

An den hinteren Anschlissen des Step-Up Reglers muss mit einem Voltmeter die
Programmierspannung gemessen werden. Hierzu den (blauen) Trimmer entgegen des Uhrzeigersinns
solange drehen, bis die passende Spannung angezeigt wird (die Spannung wird sich anfangs nicht
andern, sondern sich erst am Ende sprunghaft erhéhen).

Abbildung 4.1: Anschluss der Eingangsspannung (5V)

Wahrend der Programmierung kommt es je nach verwendetem Netzteil und Hohe der Stromaufnahme
des EPROMs zu einem Spannungsabfall. Ist dieser zu hoch, schlagt die Programmierung fehl. In
diesem Fall sollte die Programmierspannung schrittweise leicht erhéht werden (ca. 1-2V). Es ist auch
mdglich die Programmierspannung wahrend eines Programmiervorgangs zu messen und entsprechend
zu erhdhen, hierbei aber unbedingt darauf achten keinen Kurzschluss zu verursachen.
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4.2 Auswahl der zu programmierenden ROM-Datei (ab FW v.23)

Nach Auswahl des EPROMSs kann die zu programmierende ROM-Datei ausgewahlt werden. Da sich
mdglicherweise mehrere Dateien auf der SD-Karte befinden, werden nur Dateien angezeigt, die den
folgenden Kriterien entsprechen:

Dateien beginnend mit

o "2708." (wenn 2708 ausgewahlt wurde)
o “2716.” (wenn 2716 oder TMS2716 ausgewahlt wurde)
o “2532.” (wenn 2532 ausgewahlt wurde)
o “2732. (wenn 2732 ausgewahlt wurde)
o “2564.” (wenn 2564 ausgewahlt wurde)

sowie alle Dateien mit der Endung ,,.rom“ und ,,.bin“.

Die maximale Lange eines Dateinamens einschliellich der Erweiterung betragt 20 Zeichen. Dateien mit
langeren Dateinamen werden ignoriert. Die Dateiauswahl kann verlassen werden mit ,FUNC/TOP* oder
am Ende der Liste mit ,OK* (bzw. ,FUNC/TOP*).
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4.3 2708 EPROM

Vorbereitung:

Die Programmierspannung des Adapters muss fir die meisten 2708 EPROMSs auf 25V — 27V eingestellt
werden. Empfohlen wird die Programmierung zunachst mit 25V zu versuchen. Bitte unbedingt das
Datablatt bzgl. der erlaubten Spannung konsultieren.

ﬂ—uﬁh;LJ

000000000000
; "

L

2708
Programmer =&

& b, 224
Aesdiid, d S5
for Q2 m a4
= Retro Chip Tester v.2

Abbildung 4.2: Programmieradapter

Programmieren folgende maximale Stromaufnahme besitzen: Icc < 10 mA, Idd < 65 mA, Ibb

Der Adapter wurde ohne =zusatzliche Modifikation mit EPROMs getestet, die beim f
<45 mA, Iprgm < 20 mA.

Sollte die Stromaufnahme von Icc bzw. Iprgm darlber liegen und die Programmierung dadurch
fehlschlagen, muss Vcc und GND (befinden sich auf dem Step-up-Modul unten links (Vcc) und rechts
(GND)) mit ,[Vcc] und ,Vss/GND* an der Sockelleiste zwischen Display und DC/DC-Modul verbunden
werden. Hierzu am Einfachsten die Drahte direkt an das Step-up Modul I6ten.

Programmieren:

Die Binardatei muss unter dem Namen ,rom2708.bin" auf der SD-Karte abgelegt werden und genau
1024 Bytes enthalten. Ab FW v.23 kann diese Datei ausgewahlt werden.

AnschlieBend wird im Untermeni PROGRAMMING der Baustein 2708 ausgewahlt. Der
Programmiervorgang startet sofort. Lauft alles fehlerfrei erscheint nach einiger Zeit ,Finished®.

FEEEL P LErrre

Burning 278
{ mOooooooooooooooo >

Abbildung 4.3: 2708 EPROM mit Adapter
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Es konnen folgende Fehler auftreten:

,Fom2708.bin missing“: Die Binardatei konnte nicht gefunden werden.

.ENnd of file error!“: Die Binardatei enthalt weniger als 1024 Bytes.

»Verification failed“: Der Inhalt vom Speicherbaustein weicht vom Inhalt der Binardatei ab.
.Blank check failed“: Das zu programierende EPROM ist nicht leer.

Wenn die Uberpriifung fehlschlagt, kann probiert werden den Baustein noch einmal zu programmieren.
Der Leertest kann mit einem langen Druck auf OK Ubersprungen werden.

Die verwendeten Programmierparameter: N = 256, tpw = 390usec, tsp > 10usec, tpn > 1usec
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4.4 2716/2516 EPROM and Hitachi HN48016 EEPROM

Vorbereitung:

Die Programmierspannung des 2716/2532 Adapters muss fiir die meisten 2716/2516 EPROMs auf 21V
oder 25V eingestellt werden. Bitte unbedingt das Datablatt bzgl. der erlaubten Spannung konsultieren.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Adapter zusatzlich mit ,[Vcc] und ,Vss/GND*
an der Sockelleiste zwischen Display und DC/DC Modul verbunden werden muss, da die
EPROMs eine zu hohe Stromaufnahme besitzen.

Programmieren:

Die Binardatei muss unter dem Namen ,rom2716.bin“ auf der SD-Karte abgelegt werden und genau
2048 Bytes enthalten. Ab FW v.23 kann diese Datei ausgewahlt werden.

AnschlieBend wird im Untermeni PROGRAMMING der Baustein 2716/2516 ausgewahlt. Der
Programmiervorgang startet sofort. Lauft alles fehlerfrei erscheint nach einiger Zeit ,Finished®.

Burning||2716

{ EEEEE|{IEEESEEEEE >

Finishell 6xFB1A774B
Again?

Abbildung 4.4: 2716 EPROM mit Adapter
Es koénnen folgende Fehler auftreten:

e ,rom2716.bin missing“: Die Binardatei konnte nicht gefunden werden.

o End of file error!“: Die Binardatei enthalt weniger als 2048 Bytes.

o Verification failed”: Der Inhalt vom Speicherbaustein weicht vom Inhalt der Binardatei ab.
o Blank check failed®: Das zu programmierende EPROM ist nicht leer.

Wenn die Uberpriifung fehlschlagt, kann probiert werden den Baustein noch einmal zu programmieren.
Der Leertest kann mit einem langen Druck auf OK Ubersprungen werden.

Die verwendeten Programmierparameter: N = 1, tpw = 50msec, tsp > 10usec, tpn > 1usec
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Hinweise:

Ein ,TMS2516° ist kompatibel zum Ublichen ,2716“. Ein ,TMS2716" ist nicht kompatibel
zum , 2716, hier werden mehrere Versorgungsspannungen benétigt.

Léschen des Hitachi HN48016 EEPROMs auf einem Steckbrett: 5V auf Pin 24, GND auf Pin 12 und 20
(/CS), 25V auf Pin 21. Ziehe Vpp (Pin 18) auf 25V (berthre Pin 18 und 21) fur eine Sekunde. Das I6scht
den Chip.

Die Uberprifung des Inhalts erfolgt mit angelegter Vpp (,Program Verify“). In Einzelféllen kann es bei
alteren 1Cs vorkommen, dass diese Uberpriifung (Verify) fehlschlagt. In diesem Fall kann das EPROM
dennoch korrekt programmiert worden sein. Zur Kontrolle sollte das EPROM (ohne Adapter(!)) mit der
normalen Auslesefunktion ausgelesen werden und dann der Inhalt verglichen werden.
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4.5 TMS2716 EPROM (ab FW v.22)

Vorbereitung:

Die Programmierspannung des TMS2716 Adapters muss flr die meisten TMS2716 EPROMs auf 25V
— 27V eingestellt werden. Bitte unbedingt das Datablatt bzgl. der erlaubten Spannung konsultieren.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Adapter zusatzlich mit ,[Vcc]* und ,Vss/GND*
an der Sockelleiste zwischen Display und DC/DC Modul verbunden werden muss, da die
EPROMSs eine zu hohe Stromaufnahme besitzen.

Programmieren:

Die Binardatei muss unter dem Namen ,rom2716.bin“ auf der SD-Karte abgelegt werden und genau
2048 Bytes enthalten. Ab FW v.23 kann diese Datei ausgewahlt werden.

AnschlieBend wird im Untermeni PROGRAMMING der Baustein TMS2716 ausgewahlt. Der
Programmiervorgang startet sofort. Lauft alles fehlerfrei erscheint nach einiger Zeit ,Finished®.

Es kdnnen folgende Fehler auftreten:

e ,rom2716.bin missing“: Die Binardatei konnte nicht gefunden werden.

o End of file error!“: Die Binardatei enthalt weniger als 2048 Bytes.

o Verification failed®: Der Inhalt vom Speicherbaustein weicht vom Inhalt der Binardatei ab.
e Blank check failed®: Das zu programmierende EPROM ist nicht leer.

Wenn die Uberpriifung fehlschlagt, kann probiert werden den Baustein noch einmal zu programmieren.
Der Leertest kann mit einem langen Druck auf OK Ubersprungen werden.

Die verwendeten Programmierparameter: N = 256, tpw = 390usec, tsp > 10usec, tpn > 1usec
Hinweis:

Ein ,TMS2516* ist kompatibel zum Ublichen ,2716“. Ein ,TMS2716“ ist nicht kompatibel
zum , 2716, hier werden mehrere Versorgungsspannungen benétigt.
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4.6 2532 EPROM

Vorbereitung:

Die Programmierspannung des 2716/2532 Adapters muss fir die meisten 2532 EPROMSs auf 25V
eingestellt werden. Bitte unbedingt das Datablatt bzgl. der erlaubten Spannung konsultieren.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Adapter zusatzlich mit ,[Vcc]* und ,Vss/GND*
an der Sockelleiste zwischen Display und DC/DC Modul verbunden werden muss, da die
EPROMs eine zu hohe Stromaufnahme besitzen (siehe Abbildung 4.4).

Programmieren:

Die Binardatei muss unter dem Namen ,rom2532 .bin“ auf der SD-Karte abgelegt werden und genau
4096 Bytes enthalten. Ab FW v.23 kann diese Datei ausgewahlt werden.

AnschlieBend wird im Untermeni PROGRAMMING der Baustein 2532 ausgewahlt. Der
Programmiervorgang startet sofort. Lauft alles fehlerfrei erscheint nach einiger Zeit ,Finished®.

Es kdnnen folgende Fehler auftreten:

o ,rom2532.bin missing“: Die Binardatei konnte nicht gefunden werden.

o End of file error!“: Die Binardatei enthalt weniger als 4096 Bytes.

o Verification failed®: Der Inhalt vom Speicherbaustein weicht vom Inhalt der Binardatei ab.
e Blank check failed®: Das zu programmierende EPROM ist nicht leer.

Wenn die Uberpriifung fehlschlagt, kann probiert werden den Baustein noch einmal zu programmieren.
Der Leertest kann mit einem langen Druck auf OK Ubersprungen werden.

Die verwendeten Programmierparameter: N = 1, tpyy = 50msec, tsp > 10usec, tpn > 1usec
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4.7 2732 EPROM

Vorbereitung:

Die Programmierspannung des 2732 Adapters muss flir die meisten 2732 EPROMSs auf 25V und fir
2732A auf 21V eingestellt werden. Bitte unbedingt das Datablatt bzgl. der erlaubten Spannung
konsultieren.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Adapter zusatzlich mit ,[Vcc]* und ,Vss/GND*
an der Sockelleiste zwischen Display und DC/DC Modul verbunden werden muss, da die
EPROMs eine zu hohe Stromaufnahme besitzen (siehe Abbildung 4.4).

Programmieren:

Die Binardatei muss unter dem Namen ,rom2732.bin" auf der SD-Karte abgelegt werden und genau
4096 Bytes enthalten. Ab FW v.23 kann diese Datei ausgewahlt werden.

AnschlieRend wird im Untermeni PROGRAMMING der Baustein 2732 ausgewahlt. Der
Programmiervorgang startet sofort. Lauft alles fehlerfrei erscheint nach einiger Zeit ,Finished*.

Burnine 2732
{ EEsEEsEENEEEEEEs >
Finished B8x52AB14ED

Again?

Abbildung 4.5: 2732 EPROM mit Adapter

Es kdnnen folgende Fehler auftreten:

e ,rom2732.bin missing“: Die Binardatei konnte nicht gefunden werden.

o End of file error!“: Die Binardatei enthalt weniger als 4096 Bytes.

o Verification failed®: Der Inhalt vom Speicherbaustein weicht vom Inhalt der Binardatei ab.
o Blank check failed®: Das zu programmierende EPROM ist nicht leer.

Wenn die Uberpriifung fehlschlagt, kann probiert werden den Baustein noch einmal zu programmieren.
Der Leertest kann mit einem langen Druck auf OK Ubersprungen werden.

Die verwendeten Programmierparameter: N = 1, tpw = 50msec, tsp > 10usec, tpon > 1usec
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4.8 2564 EPROM (ab FW v.22)

Vorbereitung:

Die Programmierspannung des 2564 Adapters muss flr die meisten 2564 EPROMs auf 25V eingestellt
werden. Bitte unbedingt das Datablatt bzgl. der erlaubten Spannung konsultieren.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Adapter zusatzlich mit ,[Vcc]“ und ,Vss/GND*
an der Sockelleiste zwischen Display und DC/DC Modul verbunden werden muss, da die
EPROMSs eine zu hohe Stromaufnahme besitzen (siehe Abbildung 4.4).

Programmieren:

Die Binardatei muss unter dem Namen ,rom2564 .bin"“ auf der SD-Karte abgelegt werden und genau
8192 Bytes enthalten. Ab FW v.23 kann diese Datei ausgewahlt werden.

AnschlieBend wird im Untermeni PROGRAMMING der Baustein 2564 ausgewahlt. Der
Programmiervorgang startet sofort. Lauft alles fehlerfrei erscheint nach einiger Zeit ,Finished®.

Burning 2564
{ EENEESENEENEEEEE )\
Finished 0x3D3162FB

Again?

Abbildung 4.6: 2564 EPROM mit Adapter
Es koénnen folgende Fehler auftreten:

o ,rom2564.bin missing“: Die Binardatei konnte nicht gefunden werden.

o End of file error!“: Die Binardatei enthalt weniger als 8192 Bytes.

o Verification failed”: Der Inhalt vom Speicherbaustein weicht vom Inhalt der Binardatei ab.
o Blank check failed®: Das zu programmierende EPROM ist nicht leer.

Wenn die Uberpriifung fehlschlagt, kann probiert werden den Baustein noch einmal zu programmieren.
Der Leertest kann mit einem langen Druck auf OK Ubersprungen werden.

Die verwendeten Programmierparameter: N = 1, tpw = 50msec, tsp > 10usec, tpn > 1usec
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5 Einstellungsmenu / Konfigurationsmenu

Uber das Konfigurationsmeni lassen sich bestimmte Einstellungen vornehmen, die dauerhaft im
EEPROM des ATmega2560 gespeichert werden.

Damit diese Einstellung auch nach einem Neuprogrammieren des ATmega2560 noch vorhanden sind,
mussen die Fuses entsprechend gesetzt werden. Allerdings kann es auch sinnvoll sein, dass das
EEPROM bei einem Update der Firmware ebenfalls geléscht wird.

Aktivieren der SD-Karten Unterstltzung. —————
Mit aktivierter Unterstltzung fir SD-Karten kénnen, mit Hilfe eines 5D Card o
geeignetes SD-Kartenmoduls, ROMs und EPROMSs auch ausgelesen
werden.

Standardeinstellung: AUS (0)

Durchfuhren der Standard Tests (Pattern Tests, Counting Tests).
Das sind die Standard Tests, die i.d.R. durchgefihrt werden.
Standardeinstellung: EIN (1)

Durchflihren von Tests mit Zufallszahlen fir SRAMs und DRAMs.

Diese Tests verlangsamen den Test eines Chips erheblich, deshalb kénnen
sie abgeschaltet werden.

Standardeinstellung: EIN (1) - Nur in Kombination mit ,,Std. tests*.

Durchfiihren von Tests nach dem ,March Y* Algorithmus.

Anstelle (oder zusatzlich) zu den Standard Tests, kann dieser Test
ausgefihrt werden.

Standardeinstellung: AUS (0)

Durchfiihren von Tests nach dem ,March U* Algorithmus. o —
Anstelle (oder zusatzlich) zu den Standard Tests, kann dieser Test March U B3 :E
ausgefuhrt werden.

Standardeinstellung: AUS (0)

Die Datenleitungen von SRAMs werden mit Pullups beschaltet. T R
Standardeinstellung: EIN (1) SRAM Polloe t13: 1

Die Datenleitungen von DRAMs werden mit Pullups beschaltet.

Standardeinstellung: AUS (0) E,E'th;::rli’.n;:r.'ul 5

Die Datenleitungen von (P)ROMs und EPROMs werden mit Pullups oo
beschaltet. FIROM Pullup (13: 1
Standardeinstellung: EIN (1)

Ist diese Funktion eingeschaltet, versucht der Tester vorab zu erkennen, ob - -
ggf. Pull Ups fiir DRAMs oder SRAMs benétigt werden (nur, wenn Pullups fiir E:—;ﬁr':lls:jrli’:‘l;'-'ﬂ'ﬁl .
DRAMs bzw. SRAMs deaktiviert sind). [*] SLERFTIR TERAREES
Standardeinstellung: AUS (0)

(P)ROMs und EPROMSs kénnen mit ,0° oder ,1° gepaddet werden, sollte ein
Wort weniger als 8 Bit besitzen.

Standardeinstellung: ,0-Padding (0)

ot i9urat.ion
JROM padding C8X: A
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Beim Programmieren von EPROMSs kdnnen Zellen mit OxFF (leere Bereiche)
Ubersprungen werden.
Standardeinstellung: AUS (0)

' Configuration
Skirp BxFF (@):

Ist diese Funktion aktiviert, wird versucht die DRAM Features (Page Mode,
Static Column Mode) zu ermitteln. [*]
Standardeinstellung: AUS (0)

Conf igurat.ion
Show features (@)X

Der Speichertester merkt sich den zuletzt getesteten Chip.
Standardeinstellung: AUS (0)

Hiermit wird festgelegt, wie oft ein Logik-Test wiederholt wird, wenn dieses
per langem Druck auf OK ausgeldst wird. Die Anzahl entspricht 2*n, wobei n
der eingestellte Wert ist.

Standardeinstellung: AUS (0), 1 = 2 Durchlaufe, 2 = 4 Durchlaufe,

3 = 8 Durchlaufe, ... (ab 6 schaltet der Tester in einen schnellen Modus),

11 = unendlich viele Durchlaufe

Configuration
Loors ©Clod9ic) (@):

Ein-/Ausschalten von Hinweisténen und Tastenklicks.
Standardeinstellung: EIN (1)

Festlegen eines alternativen Testmodus (siehe Tabelle unten).
Standardeinstellung: AUS (0)

Conf idurat.i
|:|1+.. |'"||:||an [

Der Tester pruft vor Ausflihrung eines Tests, ob der korrekte IC eingesetzt
wurde bzw. dieser testbar ist.

(0) = Aus

(1) = EIN (Standardeinstellung)

(2) = zusatzlich testen, ob CE/CS korrekt funktioniert (nur bei SRAM)

Coof 18 at. 1o
Chir detect

Die Geschwindigkeit der Tastenwiederholung wird erhoht.
Standardeinstellung: AUS (0)

Die selbstdefinierten SRAM und DRAM-Speicherbausteine werden geldscht.

Die Konfiguration auf die Standardwerte zurlicksetzen.

Beenden des Einstellungsmenis und speichern der Einstellungen.

[*] Diese Funktionen sind experimentell. Sollten Fehler in Zusammenhang mit diesen auftreten, sollte

die Standardeinstellung verwendet werden.
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Bedeutung des alternativen Testmodus (wird ausgefiihrt bei langem Tastendruck auf OK):

Wert | Bedeutung

0 Kein alternativer Modus festgelegt.

1 DUMP Modus:
Ein langer Tastendruck auf OK fuhrt einen erzwungenen Standard-
Test fir SRAMs bzw. DRAMs aus und speichert einen Dump der
gelesenen Werte auf SD-Karte.
Anzeige ,DMP*“ im Display.

Dieser Modus muss nicht aktiviert werden, wenn ROMs/EPROMs
gedumpt werden sollen! Er beeinflusst nur das Verhalten bzgl.
SRAMs und DRAMSs.

2 Nur fir 4164 DRAM:

Verwendet den RMW-Modus anstelle des Early-Write-Modus beim
Schreiben von Daten.

Anzeige ,RMW* im Display.
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6 Warnhinweise

Warnhinweise zur Durchfiihrung von Tests:
Die Chips immer nach links (im Sockel: ,oben®) bundig einsetzen!
Die Spannungsversorgung wird erst wahrend des Tests eingeschaltet.

Die Ports des ATmega2560 sind gegen Kurzschlisse gesichert, d.h. der ATmega2560 sollte bei einem
solchen Defekt keinen Schaden nehmen. |.d.R. passiert bei defekten Chips nichts, es besteht aber
immer eine (sehr geringe) Gefahr.

Warnhinweise zur Spannungsversorgung des Speichertesters:

Der Tester sollte mit einem Netzteil betrieben werden. Zwar wird die Stromaufnahme selten tGber 500mA
liegen, aber insbesondere die alteren Chips bendétigen schon einmal 180-200mA bei 5V, was zusammen
mit LCD, ATmega2560 und den LEDs schon einmal Uber 500mA liegen kann. Eine zu hohe
Stromaufnahme kann einen USB-Port beschadigen. Sollten Kurzschlisse auftreten, kdnnen auch diese
einen USB-Port beschadigen.

Die Polyfuse sichert den USB-Port gegen Strome >1100mA ab. Die Polyfuse kann notfalls
entfallen und kurzgeschlossen werden. Wird die Polyfuse nicht verwendet, sollte der Tester
nur mit einem Netzteil betrieben werden.

Warnhinweise zur Programmierung des Speichertesters:

Niemals den Speichertester gleichzeitig mit dem ISP-Programmierer und per USB, Hohlstecker oder
Schraubterminal mit Spannung versorgen.

Wenn mit dem gesteckten DC/DC-Konverter ,Alternative #2“ (mit Recom-Wandler) der ATmega2560
per ISP programmiert wird, ist zu beachten, dass der DC/DC-Konverter bei einer Spannungsversorgung
durch den Programmierer, die Versorgungsspannungen Vdd und Vbb erzeugt. Der Programmierer
sollte diese zusatzliche Last vertragen kénnen, ansonsten sollte der DC/DC-Konverter vorher entfernt
werden. Bei dem oben empfohlenen Programmierer ist das der Fall und es kénnen sogar Chips getestet
werden.
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7 Bekannte Probleme und Einschrankungen

Vorab: Der Tester kann nicht alle Probleme erkennen, aber ziemlich viele. ;)

7.1 Erkennung von Fehlern (Speicherchips)

Der Retro Chip Tester wurde entwickelt, um ,alte” Speicherchips aus den 1970er und 1980er Jahren
testen zu kdnnen, die von heutigen Programmiergeraten oft nicht mehr erkannt werden. Es wird haufig
empfohlen Chips in einem gleichen Gerat einzusetzen und so die Funktionsfahigkeit zu testen. Dabei
wird vergessen, dass die Ubrige Hardware ebenfalls schon entsprechend alt ist und ein haufiges Ein-
und Ausschalten weitere Fehler provozieren kann.

Ein idealer Speichertester sollte nattrlich

o defekte Speicherzellen,
e Timing-Fehler durch Materialermidung (z.B. bei DRAMs) und
o fehlerhafte Signalpegel durch Materialermidung

erkennen.

Leider ist ein solcher Tester nicht zu einem akzeptablen Preis herstellbar, ein realer Tester wird immer
ein Kompromiss zwischen der Erkennungsquote von defekten Chips und dem Preis sein.

Defekte Speicherzellen:

Im Grunde sollten folgende Fehler erkannt werden kénnen:

e Stuck-At Fault
Der logische Wert einer Zelle ist immer 0 oder 1.
e Transition Fault
Ein Wechsel von 0 - 1 oder 1 = 0 schlagt fehl.
e Coupling Fault
Eine Schreiboperation in eine Zelle andert den Inhalt einer zweiten Zelle.
¢ Neighborhood Pattern Sensitive Fault
Der Inhalt einer Zelle wird durch den Inhalt einer anderen Zelle beeinflusst.
e Address Decoder Fault
Jeder Fehler, der mit dem Adressdecoder im Zusammenhang steht (kein Zugriff maglich, Andern
mehrerer Zellen gleichzeitig, Zugriff auf eine Zelle von mehreren Adressen aus)

[Lindner13]” unterscheidet diese Fehler (bezogen auf SRAMs) detaillierter in Fehler von einer Zelle
(Single-cell fault primitives) und von zwei Zellen (two-cell fault primitives), also verbundenen Zellen. In
den folgenden zwei Absatzen wird dessen ausfihrlichere Beschreibung zitiert.

Fehler einzelner Zellen sind:

e State Faults: Der Wert der Zelle wird ohne Leseoperation verandert und hangt vom
Anfangszustand der Zelle ab.

e Transition Faults: Die Zelle kann nicht geandert werden, wenn sie mit dem entgegengesetzten
Wert geschrieben wird. Das hei3t, Ubergang 0 = 1 oder 1 = 0.

e Write Destructive Faults: Eine Schreiboperation ohne Ubergang (0 = 0 oder 1 > 1) verursacht
einen Ubergang.

o Read Destructive Faults: Eine Leseoperation bewirkt, dass die Zelle umgedreht wird und der
falsche Wert zuriickgegeben wird.

7[Lindner13] Test Set Optimization for Industrial SRAM Testing, Michael Linder, Technische Universitat Miinchen,
2013, http://d-nb.info/1045729981
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Deceptive Read Destructive Faults: Eine Leseoperation bewirkt, dass die Zelle ihren Wert
andert, jedoch die korrekte Ausgabe zurlickgegeben wird.

Random Read Destructive Faults: Eine Leseoperation dreht die Zelle um und ein zufalliger
Logikwert wird an die Ausgabe zuriickgegeben.

Incorrect Read Faults: Eine Leseoperation gibt den falschen Wert zuriick. Der in der Zelle
gespeicherte Wert bleibt jedoch korrekt.

Random Read Faults: Eine Leseoperation gibt einen zufalligen Logikwert zuriick, wahrend der
gespeicherte Wert korrekt bleibt.

Undefined State Faults: Ohne Leseoperation wechselt der Logikwert einer Zelle in einen
undefinierten Zustand.

Undefined Write Faults: Ein undefinierter Zustand der Zelle wird durch eine Schreiboperation
verursacht.

Undefined Read Faults: Die Zelle wird durch eine Leseoperation in einen undefinierten Zustand
versetzt.

Stuck-At Faults: Die Zelle bleibt fiir jede Operation auf einem festen Wert.

No Access Faults: Auf die Zelle kann nicht zugegriffen werden. Eine Schreiboperation kann den
Wert der Zelle nicht andern und eine Leseoperation gibt einen zufalligen Wert zurtick. Dieser
Fehler muss nicht durch den Adressdecoder verursacht werden, sondern kann auch durch eine
offene Wortleitung verursacht werden.

Data Retention Faults: Der Wert einer Zelle andert sich nach einer bestimmten Zeit, ohne auf
die Zelle zuzugreifen.

Fehler verbundener Zellen sind:

State Coupling Faults: Die v-Zelle wird in einen gegebenen logischen Zustand gezwungen, wenn
sich die a-Zelle in einem gegebenen logischen Zustand befindet, ohne eine Operation an der v-
Zelle oder der a-Zelle auszufuhren.

Undefined State Coupling Faults: Der Zustand der v-Zelle ist undefiniert, wahrend sich die a-
Zelle in einem bestimmten logischen Zustand befindet, ohne dass eine Operation an der v-Zelle
oder der a-Zelle ausgefuhrt wird.

Disturb Coupling Faults: Jede Operation, die an der a-Zelle ausgefihrt wird, bewirkt, dass die v-
Zelle kippt.

Undefined Disturb Coupling Fauls: Jede an der a-Zelle ausgeflihrte Operation zwingt die v-Zelle
in einen undefinierten Zustand.

Idempotent Coupling Faults: Eine Ubergangsschreiboperation fiir die a-Zelle bewirkt, dass die
v-Zelle umgedreht wird.

Inversion Coupling Faults: Eine Ubergangsschreiboperation fir die a-Zelle invertiert den
logischen Wert der v-Zelle.

Transition Coupling Faults: Ein gegebener Logikwert in der a-Zelle verursacht eine
fehlgeschlagene Ubergangsschreiboperation, die an der v-Zelle ausgefiihrt wird.

Write Destructive Coupling Faults: Ein gegebener logischer Zustand der a-Zelle verursacht einen
Ubergang in der v-Zelle, obwohl eine nicht ibergangsbedingte Schreiboperation an der v-Zelle
ausgefihrt wird.

Read Destructive Coupling Faults: Wenn sich die a-Zelle in einem bestimmten Zustand befindet,
andert eine Leseoperation an der v-Zelle ihren Wert und gibt den falschen Wert an den Ausgang
zuruck.

Deceptive Read Destructive Coupling Faults: Wenn sich die a-Zelle in einem bestimmten
Zustand befindet, andert eine Leseoperation an der v-Zelle ihren Wert und der korrekte Wert
wird an den Ausgang zuruckgegeben.

Random Read Destructive Coupling Faults: Wenn sich die a-Zelle in einem bestimmten Zustand
befindet, andert eine Leseoperation an der v-Zelle den Wert in der v-Zelle und ein zufalliger Wert
wird an den Ausgang zuriickgegeben.
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¢ Incorrect Read Coupling Faults: Wenn sich die a-Zelle in einem bestimmten Zustand befindet,
gibt eine Leseoperation an der v-Zelle den falschen Wert an den Ausgang zurtick.

¢ Random Read Coupling Faults: Wenn sich die a-Zelle in einem bestimmten Zustand befindet,
gibt eine Leseoperation an der v-Zelle einen zufalligen Wert an den Ausgang zurlick, wahrend
der Wert der v-Zelle korrekt bleibt.

o Undefined Write Coupling Faults: Eine Schreiboperation fir die v-Zelle zwingt sie in einen
undefinierten Zustand, wahrend sich die a-Zelle in einem bestimmten Zustand befindet.

e Undefined Write Coupling Faults: Eine Leseoperation an der v-Zelle zwingt sie in einen
undefinierten Zustand, wahrend sich die a-Zelle in einem bestimmten Zustand befindet. Der an
die Ausgabe zuriickgegebene Wert kann korrekt, falsch oder zufallig sein.t

Der Tester verwendet standardmallig traditionelle Tests: Die Chips werden vom Tester mit
verschiedenen Patterns beschrieben, sollte eine Speicherzelle defekt sein, wird sie hierdurch i.d.R.
entdeckt. Weiterhin werden die Zellen mit einem auf- und absteigenden Muster beschrieben, so kann
entdeckt werden, ob ggf. eine Adressleitung ausgefallen ist. Der langsamste (aber von diesen auch
zuverlassigste) Test ist der Test mit Zufallszahlen. Wer Chips schnell testen mdchte, kann diesen Test
in der Konfiguration abschalten.

Diese traditionellen Tests erkennen die o0.g. Fehleri.d.R. ziemlich gut. Zur Geschwindigkeitsoptimierung
von Speichertests wurden mehrere Algorithmen entwickelt, wie z.B. die ,March®-Tests. Der Chip-Tester
unterstutzt aktuell den ,March Y*“- und ,March U“-Test.

Der ,March-Y* Test ist schneller als die traditionellen Tests zusammen. Er ist ein guter Kompromiss aus
Erkennungsgenauigkeit und Geschwindigkeit. Wer méchte kann diesen Test-Algorithmus anstelle oder
zusatzlich zu den traditionellen Tests in der Konfiguration aktivieren. Der Test verlauft nach folgender
Sequenz: { $(w0); ¢ (rO,w1,r1); &(r1,w0,r0); £(r0) }. Die Laufzeit betragt 8n.

Der ,March-U* Test ist langsamer als die traditionellen Tests zusammen, aber erkennt Fehler sehr
zuverlassig. Wer mochte kann diesen Test-Algorithmus anstelle oder zusatzlich zu den traditionellen
Tests in der Konfiguration aktivieren. Der Test verlduft nach folgender Sequenz: { {(wO0);
@ (r0,w1,r1,w0); ¢ (r0,w1); &(r1,w0,ro,w1); &(r1,w0); &(r0) }. Die Laufzeit betragt 14n.

Der Test auf defekte Speicherzellen ist sehr zuverlassig und identifiziert i.d.R. die meisten defekten
RAMs.

Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht, welche Fehler von welchem Test identifiziert werden kdnnen.

Pattern | Alt/Count | Rnd | March-Y | March-U
Stuck-At Fault X (X) (X) X X
) (X)
X) X
)
)

Transition Fault X

Coupling Fault

Neighborhood Pattern Sensitive Fault X

X

X | X | X[ X
X | X | X[ X

Address Decoder Fault
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Timing-Fehler:

Genaue Timing-Tests kdnnen mit einem 16MHz getakteten ATmega2560 nicht durchgefuhrt werden.
Hier ware eine Aufldsung von mindestens ca. 1-5ns notwendig, die mit einem ATmega2560, der fir
einen Befehl schon 62,5ns bendtigt, nicht realisierbar sind. Somit kénnen Taktflanken und die
Einhaltung von Timings nicht gemessen werden. Auch der Refresh bei DRAMs wird nicht explizit
getestet, sondern nur implizit indem aufeinanderfolgend auf Speicherzellen zugegriffen wird (der Zyklus
dauert langer als 2ms). |.d.R. |asst dieses schon die Aussage zu, ob eine Speicherzelle Gberhaupt noch
in der Lage ist Daten zu speichern. Timing-Fehler sind aber recht selten, meistens sind die
Speicherzellen selbst defekt.

Der Tester spricht alle Chips mit einem recht konservativen (=langsamen) Timing an. Sollte ein Chip mit
diesen Timings Probleme haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass er defekt ist. Der Fehler selbst ist
nicht von einem Bitfehler zu unterscheiden und wird vom Tester entsprechend ausgegeben.

Fehlerhafte Signalpegel:

Es kann durchaus sein, dass ein Chip, der in einem Computer (so gerade eben) noch korrekt lauft, vom
Tester als fehlerhaft erkannt wird. Wird der Tester per USB betrieben, liegt die Versorgungsspannung
i.d.R. bei 4,7 bis 4,8V. Es gibt Chips, die, wenn sie mit weniger als 5V betrieben werden, aufgrund der
Alterung nicht mehr fehlerfrei arbeiten. Das ist dann nicht mehr i.O., denn i.d.R. sind +/- 10% bei Vcc
zulassig.

Ein weiteres Problem, welches mit einem ATmega2560 nicht zufriedenstellend gelést werden kann, ist
die Bestimmung der korrekten Spannungspegel. Da die Chips nur digital angesprochen werden, kann
nicht ermittelt werden, ob ein Chip die Spannungspegel korrekt einhalt. Theoretisch kénnte man die
Analogports daftir verwenden, aber dieses ware aufgrund der 16 Ports nur bei wenigen Chips einsetzbar
und die Ports mussten aufwendig kalibriert werden, was die Hardwarekosten steigen lasst.

Ein weiteres Problem sind die unterschiedlichen Spannungspegel vom ATmega2560 und dem zu
testenden IC: Laut Datenblatt sollte ein 4164 fir ein LOW max. 0.8V als Pegel liefern, fur ein HIGH min.
2.4V. Der ATmega2560 erkennt bei 5V Versorgungsspannung Pegel unter 1.5 V als LOW, Pegel Gber
3 V als HIGH. Chips, die also knapp Uber 2.4V an einem Ausgang liefern, werden vom Tester ggf. als
fehlerhaft angezeigt, obwohl sie noch innerhalb der Parameter liegen (allerdings so knapp, dass der
Chip nicht mehr verwendet werden sollte).

Weitere Tests:

Grundsatzlich waren weitere spezielle Test sinnvoll:

o KurzschlUsse zwischen Signalleitungen oder unterbrochene Signalleitungen.
e Stromverbrauchstest
e Test von Ausgangsstromen

Der Chip-Tester erkennt Kurzschlusse zwischen Signalleitungen oder unterbrochene Signalleitungen
durch die traditionellen Tests als Bitfehler.

Ein Stromverbrauchstest kann durch die verwendete Hardware nicht durchgefiihrt werden. Bei diesem
Test wird davon ausgegangen, dass defekte Chips u.U. einen hdheren Stromverbrauch haben.

Ein Testen der moglichen Ausgangsstrome kann durch die verwendete Hardware nicht durchgefihrt
werden. Bei diesem Test kdnnte festgestellt werden, ob Ausgange noch genug Strom zum Schalten
von Eingangen liefern.
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Wie unterschiedlich die Signale am Ausgang z.B. eines 4164 sein kdénnen, zeigen die folgenden Bilder:

Alternierend 0 und 1 gelesen:

IC 1: Dout, Pegel zwischen 3V und 4V IC 2: Dout, Pegel zwischen 4V und 4.5V

Wechsel von ,nur 0“ auf ,nur 1“

IC 1: Dout, Pegel zwischen 3V und 4V IC 2: Dout, Pegel zwischen 3,9V und 4.6V

Die Spannungspegel eines HIGH liegt bei beidem ICs im erlaubten Bereich. IC 2 liefert beim Lesen
eines LOW ein Wert bis zu 0,5V. Das liegt oberhalb von dem, was erlaubt ist. Da die Pegel bei IC 2 sehr
variabel sind, kdnnen Tests teilweise als fehlerfrei durchlaufen, i.d.R. sollte der Chip aber als fehlerhaft

erkannt werden.
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In einem realen System (hier am Beispiel eines Oric-1 Heimcomputers) sind die Signalpegel sehr viel
schlechter (wobei die im Bild gezeigten Pegel im Vergleich sehr gut sind). Im Bild werden die Signale
fur RAS (Violett), CAS (Blau) und WE (Gelb) dargestellt (4164 DRAM). Sehr schén zu erkennen ist der
Speicherzyklus: RAS wird aktiv (low), 75ns spater folgt CAS. RAS bleibt 175ns aktiv, CAS bleibt 250ns
aktiv. CAS wird nach RAS, kurz bevor der nachste Speicherzyklus beginnt, inaktiv.

RIGOL H 100ns — | D

Harizontal . Tvp

ﬂ-ﬂ- _ 4 Flanke

Cluelle

-lle 4 CH2

Feriod=1.000us Freg=1.00MHz

Abbildung 7.1: RAS/CAS/WE Timing (Oric-1)

Ein IC der unter optimalen Bedingungen im Tester als fehlerfrei getestet wird, kdnnte in einem realen
System aufgrund der Stérungen durchaus Fehler aufweisen.
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Allgemeine Aussagekraft von Speichertests

Es stellt sich auch immer die Frage, ob bestimmte Tests fir den gedachten Einsatzzweck sinnvoll sind.
Ein Beispiel:

Nehmen wir einen 120ns SRAM-Chip an, wie er in einem ZX Spectrum oder C64 verwendet wird. Nach
40 Jahren sind die Speicherzellen (hoffentlich) immer noch zu 100% in Ordnung, aber die Zugriffszeit
betragt jetzt 150ns. Was soll ein Tester als Ergebnis ausgeben?

a) ,FAIL" weil der Chip die 120ns aus der Spezifikation nicht mehr erflllt? In einem ZX Spectrum
oder C64 funktioniert dieser aber immer noch sehr gut und ohne Tester ware es vermutlich nie
aufgefallen, dass dieser Chip ,defekt® ist. Ja genau: "defekt", da die Spezifikation des Chips nicht
eingehalten wurde. Da der Tester ein FAIL ausgegeben hat, wird der Chip weggeworfen?

oder

b) ,PASS® weil die Speicherzellen noch alle in Ordnung sind und der Chip in 99,99% aller Falle
auch ohne korrekte Timings weiterhin funktioniert? Wenn bei defekten Speicherzellen ein FAIL
ausgegeben wird, ist er definitiv defekt und kann auch entsorgt werden.

Sie kénnen sich nicht nur auf ein Testergebnis, wie FAIL oder PASS verlassen. Es hangt von der
Anwendung ab. Bei einem sicherheitskritischen System wird hingegen vermutlich gefordert werden,
dass ein Chip seine technische Spezifikation exakt einhalt.

Wird ein IC vom Tester mit ,PASS" bewertet, so wird dieser mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in
Ordnung sein, umgekehrt kann ein mit ,FAIL* bewerteter IC noch funktionieren, wird es aber vermutlich
nicht oder zumindest nicht auf Dauer. Diese ,,Grenzfalle” sind aber relativ selten.

Selbst zwei gleich aufgebaute Tester kdnnen beim selben IC, wenn es sich um einen ,,Grenzfall* handelt,
zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die verwendeten Bauelemente unterliegen gewissen
Toleranzen, so dass z.B. Spannungsabfalle an den Dioden oder Transistoren leicht unterschiedlich sein
kénnen und so zu unterschiedlichen Ergebnissen fuhren kdnnen. Nicht umsonst werden Messgerate
regelmafig kalibriert und verwenden besonders hochwertige Bauelemente, aber selbst dann wird man
nie zwei identische Ergebnisse bekommen.

Zudem konnen Timings mit glinstiger Hardware nicht genau getestet werden. Hardware, die auf 5 ns
genau misst, erhoht die Kosten eines Testers locker auf Gber 1000 Euro (sehr vorsichtig gerechnet und
unter Umstanden auch sehr viel mehr, wenn nur wenige Gerate verkauft werden).

Wenn Sie 40 Jahre alte Chips auf ihre technischen Spezifikationen hin testen, werden Sie vermutlich
nicht viele Chips finden, die diese noch erflllen, d.h. in Ordnung sind.

Fazit:

Einen 100% sicheren Tester gibt es nicht, auch nicht mit sehr viel teurerer Hardware, die im Ergebnis
vielleicht einen von hundert Chips mehr korrekt erkennt. Wird aber ein Chip als fehlerhaft gemeldet, so
ist dieser mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch tatsachlich defekt.
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7.2 Testen von “non-volatile static RAM” (NVRAM) (“Zeropower” RAMs)

Beim Testen von NVRAMs oder “Zeropower® RAMs, wie z.B. dem M48Z02 oder M48Z12 ist die
Spannungsversorgung unbedingt zu beachten.

Durch die Schaltung von Vcc durch einen MOSFET und einen PNP-Transistor ist ein Spannungsabfall
von ca. 0,3V zu erwarten. Wird der Tester per USB mit Spannung versorgt (i.d.R. knapp unter 5V), wird
sich Vcc letztendlich im Bereich von 4,5V bis 4,7V bewegen. Ein Blick in das Datenblatt zeigt, dass bei
einem M48Z02 im Bereich von 4,5V — 4,75V und bei einem M48Z12 im Bereich von 4.2V — 4.5V, der
Power-Failure anspricht und der Chip die Ausgange in den Tristate-Mode schaltet. Damit wird der Chip
dann vermutlich als fehlerhaft getestet.

B Automatic power-fail chip deselect and WRITE
protection

® WRITE protect voltages
(Vppp = power-fail deselect voltage):

— M48Z02: Vo= 47510 5.5 V;
A5V < Vpep <475V

— M48Z12: Vo= 4510 5.5 V;
42V <Vprp <45V

Auszug aus dem Datenblatt des M48202 und M48212

In diesem Fall sollte der Tester Gber den Hohlstecker mit 7V bis 9V versorgt werden. Der verwendete
Linearregler liefert relativ exakt 5V, was ein Vcc von knapp 4.7V — 4.8V bedeutet. Ein M48Z02 (und erst
recht der M48212) sollte sich damit fehlerfrei testen lassen.

#x16 Test failed iR il o %x16 Test rassed
A:4 B>80 A9ain? Bi- | SN ¥ ‘ Ag9ain?

Spannungsversorgung per USB Spannungsversorgung per Hohlstecker (9V)
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7.3 Erkennen von Fehlern (Logik- und Speicherbausteine)

Grundsatzlich gelten die in Abs. 7.1 beschriebenen Probleme auch fur Logikchips. Die Logikchips sind
sogar noch etwas komplizierter zu testen, denn fur jeden einzelnen Chip muss ein eigener Test
vorhanden sein.

Die meisten Tester fur Logikchips testen nur die reine Logik, so auch der Retro Chip Tester Pro. Es
konnen aber auch weitere (seltene) Fehler auftreten, die so nicht erkannt werden kdnnen (insbesondere
bei alten bipolaren Logikbausteinen):

1. ungultige Signalpegel aufgrund von Chipalterung (z.B. ein vorhandener Gleichspannungsoffset
bei einem logischen LOW, den der Tester als logisch HIGH erkennt),

2. defekte Eingangstreiber, die aufgrund des Alters mehr Strom benétigen,

3. defekte Ausgangstreiber, die nicht mehr ausreichend Strom liefern (i.d.R. sollten die
Ausgangstreiber ausreichend Strom liefern im eine bis zwei TTL Stufen anzusteuern),

4. weitere Probleme.

7.3.1 Ungiiltige Signalpegel

Der Chip Tester kann technisch bedingt folgende Pegel erkennen:

ATmega2560 gem. Datenblatt bei 5V
Input Low Voltage max. 0.3 Vcc max.1.5V
Input High Voltage min. 0.6 Vcc min. 3 V

TTL Chips (nicht CMOS) besitzen folgende Charakteristik:

TTL 5V Pegel Eingang Ausgang
Low Voltage max. 0.8 V max. 0.4 V
High Voltage min. 2.0 V min. 2.4V

Sollte z.B. ein Baustein aufgrund seines Alters tatsachlich nur noch 2.4V fur ein logisch HIGH am
Ausgang liefern, wird dieses Signal u.U. vom ATmega2560 nicht als solches erkannt.

Das Problem haben alle Tester, die nicht explizit auf den verwendeten Logik- Pegel eingestellt werden.
Der beliebte China-Programmer TL866 (altes Modell) verwendet als Bustreiber einen 74HC373D,
erkennt also die folgenden Logik- Pegel:

Symbol Parameter Conditions Tamp =25°C

Min | Typ Max
7T4HC373

Vi HIGH-level input  |Vee =20V 15 | 12
voltage Ve =45V 315 | 24
Vec =60V [42 (32| -
Vi LOW-level input Ve =20V - 08 | 05
voltage Vee =45V - 21 135
Vec =60V [ - T28 18

Abbildung 7.2: Logik- Pegel des 74HC373
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Ein IC, der nur noch 2.4V fir ein logisch HIGH liefert, wirde vom TL866 noch als solches erkannt
werden, der Chip Tester wird dieses Signal vermutlich als logisch LOW erkennen. Umgekehrt erkennt
der TL866 auch noch bei tber 1V ein LOW, was nicht mehr korrekt ist.

In der Praxis sollte ein TTL IC mindestens eine Spannung von 3.5V liefern kénnen (2.4V schreibt der
Standard vor), aufgrund der geringen Last vermutlich eher etwas mehr. Gealterte ICs kénnen aber eine
geringere Spannung liefern, so dass der Chip Tester das HIGH Signal nicht mehr sicher erkennt. Bei
mehrfachen Testen schlagt der Test dann manchmal fehl, manchmal ist er positiv (Anzeige ,L“ mit einem
Pfeil nach oben = erwartet wurde ein HIGH, gelesen wurde aber ein LOW).

Der TL866 Il verzichtet auf die Treiber und gibt die Signale direkt auf die Ports des verwendeten
PIC24FJ256GB110. Damit werden folgende Logik-Pegel erkannt.

PIC24FJ256GB110 gem. Datenblatt bei 5V
Input Low Voltage (ST) max. 0.2 Vcc max.1V
Input High Voltage (ST) min. 0.8 Vcc min. 4V

Somit kann das Ergebnis beim Testen von gealterten Chips mit einem TL866 Il nochmals
unterschiedlich sein.

Da die Logik-Pegel von keinem Tester genau eingehalten werden und grundsatzlich nur die Logik
getestet wird, bedeutet ein positiver Test, dass der Chip ,hdchstwahrscheinlich in Ordnung ist, wahrend
ein fehlgeschlagener Test oder ein Test, der ,hin und wieder® fehlschlagt auf einen
»hochstwahrscheinlich“ defekten Chip hindeutet. Je nach Situation ist die Wahrscheinlichkeit fir ein
korrektes Ergebnis mal bei dem einen, mal bei dem anderen Tester etwas besser.

Empfehlung: Sollte eine Prifung auf einem Tester — egal welchem — aufgrund der Signalpegel
fehlschlagen, auf einem anderen aber nicht, dann sollte der Chip ggf. trotzdem aussortiert werden, weil
ein Signalpegel offensichtlich nicht mehr optimal sind (auch wenn evil. 2.4V noch dem Standard
entsprechen, wird ein solcher Chip vermutlich nicht mehr lange funktionieren).

7.3.2 Defekte Eingangs- bzw. Ausgangstreiber

Die bipolaren Bausteine sind stromgesteuert, d.h. es muss ein bestimmter Strom zur Verfligung stehen,
damit ein Signal sicher erkannt wird. Ein Beispiel hierfir ist in Abs. 3.7.4 beschrieben (der Chip Tester
verfligt zum Schutz Uber eine Strombegrenzung). Umgekehrt belastet der Chip Tester die Ausgange
eines Logikbaustein nur sehr wenig, so dass auch Bausteine, die nicht mehr in der Lage sind ein oder
zwei TTL-Stufen anzusteuern, noch fehlerfrei im Tester funktionieren kbnnen, aber in einer realen
Schaltung keinen weiteren Chip mehr ansteuern kénnen.

7.3.3 Timing-Probleme

Wird ein Speicherbaustein mehrfach getestet und tritt der Fehler an unterschiedlichen Speicherzellen
auf, dann ist es durchaus mdglich, dass der Speicher zu langsam fir den Test ist (d.h. die Zugriffszeit
Uber die Jahre grolier geworden ist). Diese Speicherbausteine kénnen in einem Gerat durchaus noch
funktionieren. Erhdhte Zugriffzeiten fallen i.d.R. in einem Zielsystem nicht auf, jedoch im Tester werden
diese erkannt.

Es ist auch moglich, dass der RCT einen Speicher als funktionierend testet, dieser Speicher aber in
einem Gerat nicht korrekt funktioniert. Es sind dann die Speichermatrix, der Adressdecoder, die
Ausgabetreiber etc. grundsatzlich in Ordnung, aber der Speicher kommt mit den schnellen
Zugriffszeiten im Zielsystem nicht klar. Hier sollte zunachst gepruft werden, ob das IC Uberhaupt die
richtigen Zugriffzeiten fur dieses System hat. Der RCT testet Speicher immer mit konservativen Timings,
wodurch es (in seltenen Féllen) auch vorkommen kann, dass Speicher mit starken Alterungseffekten,
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die nicht mehr ihre Nennzugriffsgeschwindigkeit besitzen, aber die Grenzwerte im RCT erflllen, als
fehlerfrei getestet werden.

7.3.4 ,Falsche” Ergebnisse

Symptom: Es wird ein IC als OK getestet. In einer realen Schaltung funktioniert er aber nicht.

Das kann mehrere Grinde haben. Der Tester hat festgestellt, dass z.B. bei einem Speicher alle
Speicherzellen in Ordnung sind, auch die Ein- und Ausgabetreiber sind ok und ebenso der
Adressdecoder. Was aber zu beachten ist, dass der IC in einer (fast) perfekten Umgebung getestet
wurde. Die Spannungsversorgung betragt 5V, ist stabil und es gibt quasi keine Stérungen durch andere
Komponenten. Auch die Signale sind fast perfekt und besitzen saubere Flanken. In einem realen Gerat,
wie einem C64, kann sich der IC durchaus noch fehlerhaft verhalten. Im realen Gerat kann auch eine
héhere Temperatur eine Rolle spielen oder der Fehler liegt doch woanders, z.B. an einem defekten
Bustreiber.

Symptom: Es wird ein IC als FAIL getestet. In einer realen Schaltung funktioniert er aber.

Es gibt ICs, die aufgrund von Alterungseffekten ihre Spezifikation nicht mehr einhalten (z.B. langsamere
Zugriffzeiten besitzen als angegeben) und deshalb im Tester als fehlerhaft ausgewiesen werden. In
einem realen System konnen diese noch funktionieren, wenn dort die Zugriffe langsamer sein sollten.

Oft wird empfohlen einen Speicher in einem lauffahigen Computer einzusetzen und so zu testen, ob er
funktionsfahig ist. Das ist nicht aussagekraftig. Ein haufiges Problem ist ein defekter Adressdekoder
(Beispiel siehe Kapitel 3.1.4, defekte Adressleitung A4), Wenn z.B. bei einem 64k Speicher die oberste
Adressleitung auf einem Signalpegel ,festhangt, werden die 64k in zwei 32k Halften ,gespiegelt”. Ein
normaler Pattern Test, den einige Computer eingebaut haben, entdecken diesen Fehler nicht. Wird beim
Testen des Rechners nur die eine Halfte verwendet, fallt der Fehler nicht auf, der Computer scheint
fehlerfrei zu laufen.

In diesen Fallen hat der Tester mit seinem Ergebnis recht, das beobachte Verhalten ist aber u.U. ein
anderes.

7.3.5 Weitere Probleme

Es gibt weitere Probleme, die in einer realen Schaltung auftreten kénnen, aber nicht getestet werden
konnen, darunter thermische Probleme, die nur dann auftreten, wenn ein Chip z.B. mit hohen
Frequenzen betrieben wird und Fehler erst nach einiger Zeit, wenn er sich erwarmt hat, auftreten. Hier
kann das Testergebnis OK sein, im realen System treten dann aber noch einiger Zeit Fehler auf.

Obiges qilt prinzipiell fir alle bezahlbaren Tester flr Logikchips. Dennoch ist die Erkennungsrate sehr
hoch und Fehler kénnen i.d.R. mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit erkannt werden.
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7.4 "In circuit” Tests

"In circuit"-Tests kénnen mit einigen (Logik-)ICs funktionieren, und es gibt einige Berichte, dass es gut
mit dem RCT funktioniert hat. Wenn eingelotete ICs getestet werden, muss der Test unbedingt so
durchgefiihrt werden, dass die Platine mit dem zu testenden IC ohne Stromversorgung ist. In den
meisten Fallen sollten Sie auch sicherstellen, dass der Vcc-Pin des ICs nicht mit der Platine verbunden
ist, da diese sonst Uber den RCT mit Strom versorgt wird.

Vorsicht bei den Testergebnissen: Es soll z.B. ein NAND-Gatter getestet wird bei dem beide Eingange
verbunden sind (das Gate wird somit als Inverter eingesetzt). Das ist eine sehr haufig vorkommende
Schaltung auf alten Platinen. Wenn der RCT den IC Uberprift, schlagt der Test fehl, da sich das Gate
sich wie ein Inverter und nicht wie ein NAND-Gatter verhalt.

»In circuit* Tests sind nicht wirklich zuverlassig moglich. Es kann funktionieren, aber in vielen Fallen
nicht, was stark von der Schaltung abhangt. Heutige ICs bieten daflir eine spezielle Funktion (Boundary
Scan und Test) aber ICs aus den 80er Jahren bieten das nicht.

Abbildung 7.3: RCT “in circuit” Tests (Bild von Darren Jones)

Der RCT kann ICs "in circuit" genauso gut oder schlecht testen wie andere Tester. Aber die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Test bei einem fehlerfreien IC fehlschlagt, ist sehr hoch.
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7.5 Verwenden einer SD-Karte

Damit der RCT eine SD-Karte erkennt mussen folgende Punkte erflillt sein:

¢ In der Konfiguration muss die Unterstlitzung fir SD-Karten eingeschaltet sein (“SD Card: 17,
siehe Kap. 5) und der Micro-SD Kartenadapter muss korrekt mit dem Chip-Tester verbunden
sein.

e Die Speicherkarte muss FAT16 oder FAT32 formatiert sein. Falls sie nicht erkannt wird, ggf.
einmal mit dem SD Memory Card Formatter der SD Association formatieren.

Download unter: https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
o Es wird nur eine Primare Partition unterstitzt, keine logischen Laufwerke.

Da der Tester uber keine Echtzeituhr verfugt, wird standardmafig kein Dateidatum gesetzt. Es gibt
jedoch die Moglichkeit ein Datum mit Uhrzeit vorzugeben, indem man auf der SD-Karte eine Datei
datetime. txt anlegt. Wird der Tester eingeschaltet (bzw. nach einem Reset), werden Datum und
Uhrzeit dieser Datei beim Anlegen von weiteren Dateien verwendet.


https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
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8 Anhang: PAL Analyse und Synthese mit dem RCT

In Kapitel 3.5 wird beschrieben, wie ein PAL oder GAL ausgelesen werden kann. Die zugrunde
liegenden logischen Gleichungen lassen sich mit sehr geringem Aufwand rekonstruieren, wenn alle
moglichen Eingabekombinationen durchprobiert werden, die Ausgaben protokolliert und anschlieRend
analysiert werden. Auf diese Weise kann eine Kopie erstellt werden, die logisch identisch mit dem
Original ist.

Dieses Kapitel beschreibt, wie dabei vorgegangen werden kann. Der folgende Weg wurde mit Hilfe von
Christophe Escurat dokumentiert. Vermutlich gibt es auch noch einfachere Lésungen.

Folgende Software wird bendtigt:

¢ PALASM 1.5 wird verwendet, um eine JEDEC Datei zu erstellen
http://www.pldworld.com/ otherplds/palasm/-engr.uky.edu/ _melham01/ee481/software.htm
Da es ziemlich alt ist und MS-DOS benétigt, verwenden wir DOSBOX, um es auszuflhren.
e DOSBOX wird verwendet um PALASM auszufiihren
https://www.dosbox.com/download.php?main=1
o Simple Solver reduziert die Logikgleichungen
https://www.simplesolverlogic.com/

Schritt 1: Analyse

Zunachst muss spezifiziert werden, welche Pins Eingabe- bzw. Ausgabe-Pins sind. Dazu ist es am
einfachsten, die Schaltplane zu prifen oder, falls nicht verfliigbar, ein kleines Reverse Engineering
durchzufuhren. In diesem Beispiel analysieren wir einen PAL16L8.

—> 08 7
o 18 >

[>——] 107 o1 >
A8 >—=— 10 102 >
A7 B> 1 [ol:] Y
A4 >4— 12 103 >
A6 >5— 13
A5 >5— 14
A3 >7— 15
A2 >—1 6
FC1 >F 19
A1 [>—= 104

Die I/0O-Pins sind im Menu ,PAL (20 Pins)“ wie folgt zu spezifizieren:

12345678901234567890
ITIIIIIIIIGIOOOIIIIOV


http://www.pldworld.com/_otherplds/palasm/-engr.uky.edu/_melham01/ee481/software.htm
https://www.dosbox.com/download.php?main=1
https://www.simplesolverlogic.com/
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Schritt 2: Speichern des PAL Inhalts

Der TI16L8-25 in unserem Beispiel ist ein PAL16L8 in einem PLCC-Gehause. Wir verwenden einen
PLCC-20-zu-DIP-20-Adapter, um den PAL im Retro Chip Tester auszulesen. Wahlen Sie das Menl
~Selected (PAL) / PAL 20pin“ und stellen Sie sicher, dass der SD-Kartenadapter installiert und in der
Konfiguration des RCT aktiviert ist. Stellen Sie die PIN-Konfiguration auf das oben erwahnte Pattern
ein. Halten Sie die OK-Taste zwei Sekunden gedruckt, um den Vorgang zu starten.

Der Inhalt wird nun auf die SD-Karte geschrieben. Dies kann je nach Anzahl der Kombinationen eine
Weile dauern. Zeit fir einen Kaffee. Der RCT pruft $4000 = 16384 Kombinationen durch.

Das Speichern erfolgt in zwei Schritten: Im ersten Schritt erstellt der RCT eine binare Dump-Datei, im
zweiten Schritt wird diese Datei in eine CSV-Datei konvertiert, die von Excel oder einem Texteditor
geoffnet werden kann.

Schritt 3: Priifen der Dump-Datei

Nach einiger Zeit (es kann mehrere Minuten dauern) ist die Konvertierung abgeschlossen. Uberpriifen
Sie nun den Inhalt der SD-Karte. Kopieren Sie die BIN- und CSV-Datei auf Ihren Computer, erstellen
Sie eine Kopie der CSV-Datei und benennen Sie diese in TXT um.

s e S —
e
AT1T1f36.bin

B 4717136, e0v
AMTIf36t
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Um die Textdatei mit einem anderen Programm verwenden zu kénnen, missen wir einige Anderungen
vornehmen. Offnen Sie die Datei mit einem Texteditor und &ndern Sie die erste Zeile.

7 47171$36.¢t - Bloc-notes - ] X
Fichier Edition Format Affichage Aide

18;17;16;15;11; 9; 8; 7;
g; @; @; @; 8; @; 6,

]
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0000000000000 0 ®W0
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e = N LY
=
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5
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5
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&
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(™ ®
=
S

has ham hae kam kas kas ke ham ks kam kas ks
has ham hae kam kas kas kas ham ks kam kas ks

W kar ham kam kam kas kas far hae kam kam ks kas

W kar bam kam kam kas kas far hae kam kam ks ke

e e

e e W P

P e T e e

W kax has kam kam ks kas far hae kam kas kas kas ham has kaw

W ok hae ks ke ks kas far hme kam kas ks kaa e hes ke

¥ W

[« v e I o Lo B o> T v B o B wv B v i wx B I v I v ]
e e e

[ Ilcv e I v I oo B B v B v B wov B v e B« I v IR v

[« v o I v I oo B v B oo I wov B v e B I v I wov
0000000000000 @
G000 000 ®
G000 000 ®
00000000008 0@
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2
R

Ln1, Col1 Windows (CRLF) UTF-8

Nehmen sie folgende Anderungen nur an der ersten Zeile vor:

e Fugen Sie den Nummern der I/0O-Pins das Prafix ,io hinzu.
o Entfernen sie alle ";" (Semikolon), sodass zwischen den Werten nur ein Leerzeichen bleibt.
o Ersetzen Sie das "-" (Minus) durch ein ":" (Doppelpunkt).

Die geénderte Zeile sieht dann folgendermaf3en aus:

“AT17T1136.mxt = Bloc-notes — | L

Eichier Ediion Fgrmat Affichage Aide

iol8 iol? iolé iol5S ioll io® io8 io7 iob io5 iod iod io2 iol : i0l9 iold iold iol2 -~
@; @; @; @; @; @; @; @; @; @; @; @; @; S;-; @; 1; @; @

B; @; @; @; @; 8; 8; @; o; a; e; a; e; 1;-; e; 1; 1; 1

e, 8; &; ; 8; B; B; B; @; B; ; B; 1; B;-; ©; 1; 1; 1

a; @; 8; e; 8; a; 8; a; e; a; e; 8; 1; 1;=-; @; 1; 1; 1

@; @; @; @; @; @; @; @; 0; @; @; 1; @; @;-; @; 1; 1; 1 -

Lm 1, Sl 83 100% Windows (CELF) UTF-8
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Andern Sie die restlichen Zeilen wie folgt:

Entfernen sie alle ";" (Semikolon).

Ersetzen Sie das ,-“ (Minus) durch einen Tabulator.

| *47171f36.txt - Bloc-notes

Aide

ge =
iold io0l7 icl6 iol5 ioll 109 io08 iof iof ioS icd io3d 102 iol

Afficha

Format

Edition

Fichier

e

;1019 iold iold icl2

8188
B111
B111
8111
8111
B111
B111
8111
8111
8111
8111
B111
B111
8111
8111
B111

5 I T T I T
bBooooeoBBBBO]
% T T T T T O T T I A
5 T T O T A
beoobooooBBBl1BE
% T T T T T O T A e
% T O O O B R A
5 I T T O A A
& T T T T T O A I I ¥
% T T T T T O O - O I
5T T I T O I R A
5 T T T O O O N M
% T T T T T O T N A Y
BpeeBRRBEEBR1I1IBI]
5 T T T T T T O O N N A
% T T T T T T O O A M

Windows (CRLF) UTF-8

100%

Ln 16336, Col 2

Flgen sie abschliefend ein ";" (Semikolon) an das Ende der Datei hinzu und speichern sie diese.

| *47171f36.t¢t - Bloc-notes

Aide

ge

111111111188081
l11111111118818
11111111118811
1111111111818 8
11111111118181
l11111111118118
11111111118111
111111111118 08%8
111111111118 81
11111111111818
11111111111811
1111111111118 8
11111111111181
111111111111 18

Afficha
11111111111 111

Farmat

Edition

Fichier

1811
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1811
1811
1811
1811
1811
1811
1811

Windows (CRLF) UTF-8

100%

Ln 16386, Col 2
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Schritt 4: Lesen der Wahrheitstabelle und Reduzieren der Logikgleichungen

Wir bendtigen die Software PALASM. Da sie ziemlich alt ist Iauft sie noch unter MS-DOS. Wir verwenden
daher DOSBOX, um diese auszufuhren. Die Installation von DOSBOX ist sehr einfach. Verwenden Sie
die Konfigurationsdatei, die Sie unter

C:\Users\<username>\AppData\Local\DOSBox\dosbox-0.74.conf
finden und fligen sie folgende Zeilen hinzu:

[autoexec]

# Lines in this section will be run at startup.
# You can put your MOUNT lines here.

mount C D:\dosprogs

PATH C:\DOSBOX\PALASM\EXE;C:\;"%$PATH;C:\DOSBOX\PALASMA\EXE"
SET PALASM=C:\PALASM\

C:
CD C:\PALASM

Laden Sie nun die Wahrheitstabelle in Simple Solver (die modifizierte Textdatei).

B 820 - E\Dump_raw 4TI TI136. N ] =
File Edit Zoom Examples Options Help Boolean Minimizer
J & 490 @
Input Window o= - - D I I I
iol8 10l7T iol6é 10l5 ioll iod iocB 107 106 105 lod 103 io2 dol @ 1iold dold 10l3 ol Ll
OCO0ODQDOQOOQCDDQO0ODDDODODODO0ODD0O D100 S
OCO0ODQOQOQDOQDOQOQODDODOD1 0111 £
C0OQOQOOQQOQOQOQPDODODOLlLODO O111
C0O0Q0QOQCOQCQCODOQO0CDDOD0ODO0ODD0D1I1 0111
OCo0OQOQOOQOOQOQOQOODQODODODOD1lIOO0O O111
C00QQQQQOQOQPOQOP0O1L0O1 O111
0000000000011 0 0111 Minimize
OC0O0Q0QDOQCOQCOQDOQO0OCDDO0DOD1I 11 0111
0000000000100 0 0111 _
C00Q0QQQQOQOQPDOP1LO0OB1 0111
C0OOQ0QO0QCOQCDODOQOQDDDO0OD1 D010 0111
OCO0ODQDOQCOQCDOQO0OQCDD1L D11 0111
OCo0ODQOQOQDOQDOQOQODDOD1L 100 O111 w

Output Options
Output Data = O Search |

[ Comment Lines
| ] Input Egn/ TT
[C] Truth Table - Full
] Minimize

=] Inwert & Minimize
=] Angn Minterms
[ PLATruth Tabla
|:| Sart Terms

[ Logic Design

1 | Operator Format

Ln1 Coll Insert Lm1 Coll
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Die Optionen mussen wie folgt gedndert werden:

Q
=
=
=
=
-
@]
!
2
=
W

Comment Lines
Input Eqn/TT
Truth Table - Full
Minimize
Invert & Minimize
Align Minterms
PLATruth Table
Sort Terms

L1
L1
L1
L1
L1
L1
L]

Logic Design

Operator Format

Driicken Sie GO, um die Daten zu analysieren und die Gleichung zu reduzieren

BEQ - E:\_DESKTOP_\PERSOVAMIGA_MEINMEI_RED_ICE\Dump_raw\47171f36.bct — O *
File Edit Zoom  Examples Options Help Boolean Minimizer ~
VL Q50 @ a3
Input Window T - O O = - -
iol8 iol7 iol6 iol5 ioll io% iof io7 io6 ioS io4 io3 io2 iol : iol% iol4 iol3 iol2 ~
00000O0D0O0DO0CQCO0OCO0CO0DO0OO0 OCD1O00
0000000O0O0O0O0O0O01 0111
00000CO0D0DCO0DO0CO0CO0CO0D1O0 0OCD111
0000000000001 1 0111
0000O0CO0D0DCO0DO0CO0OCO0OC1IO00 0OCD111
0000O0CO0DO0DCO0DO0CO0CO0O1IO0O1 0111
0000000000011 0 0111 Minimize
0000O0CO0DO0DO0DO0CO0DO0111 0111
00000000001 000 0111 -
0000O0CO0DO0DCO0DO0CO0D1O0O01 0111
0000000000101 0 0111
00000O00O0DO0CO01011 0111
0000O0CO0DO0DO0DO0CO0D1100 0111 W

Qutput Options
Output Data > D [Searc | |

] comment Lines

[L1/05/2022  E:\ DESKTOP \PERSO\AMIGA MKII\MKII RED ICS\Dump raw\47171£3€.txt [ Input Eqn / TT
INVERT/MINIMIZE
/ [] Truth Table - Full
(1) fiols = fiol8 * fio8 * iol [ Minimize
+ [fiolg * fiol7 Invert & Minimize

+ /iol8 * iolé; an M
fio io Align Minterms

) fiol4 = io0l5 * ioll * io7 * io6: [] PLATruth Table
[ sort Terms

[X]

(

(3) fiol3 = fiolg * fiol7 * fio7 * fioé * fio5 * fio4 * fio3 * fio2 * fiol
+ iolg * fiol7 * fio9 * [fiol

+ fiol7 * iolé;
Operator Format

(4) fiol2z = fiolg * fiolT * fiolé * fio7 * fio€ * fio5 * fiod * fio3 * fio2 * fiol
+ iolg * iol7 * fiole * fio7 * dio6 * fioS5 * fiod * fio3 * fio2 * fiol
+ fiolg * io0l7 * fiolé * fio8 * iol
+ iolg * fiol7 * fiolé * fio% * fiol;

[ Logic Design

(4) Boolean egquations processed
Processing time = 1,42 seconds

Ln1 Col1 Insert Ln1 Col1
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Schritt 5: Erzeugen der PDS-Datei fiir PALASM

Erstellen Sie im PALASM-Verzeichnis (z. B. D: \dosprogs\PALASM) eine PDS-Datei und 6ffnen Sie

diese im Texteditor. Kopieren Sie die folgenden Zeilen in die Textdatei. Bitte achten Sie darauf, dass
die INPUT- und OUTPUT Pin-Deklarationen identisch mit der originalen PAL Datei sind (siehe oben).

Mj 47171f36.PDS - Bloc-notes - O x
Fichier Edition Format Affichage Aide
;PALASM Design Description
e e it e Declaration Segment ------------
TITLE  MYPAL]
PATTERN HNone
REVISION @
AUTHOR  Giants
COMPANY
DATE la/ed4,/2822
CHIP MYPAL1 PALCE16VS ; PALCE1eVS
e ettt T PIN Declarations ---------------
pin 1 iol COMBINATORIAL ; INPUT
pin 2 io2 COMBINATORIAL ; INPUT
pin 3 io3 COMBINATORIAL ; INPUT
pin 4 iod COMBINATORIAL ; INPUT
pin 5 io5 COMBINATORIAL ; INPUT
pin 6 iob COMBINATORIAL ; INPUT
pin 7 io7 COMBINATORIAL ; INPUT
pin 8 io8 COMBINATORIAL ; INPUT
pin 9 io9 COMBINATORIAL ; INPUT
pin 11 ioll COMBINATORIAL ; INPUT
pin 12 ipl2 COMBINATORIAL ; OUTPUT
pin 13 iol3 COMBINATORIAL ; OUTPUT
pin 14 iol4d COMBINATORIAL ; OUTPUT
pin 15 iol5 COMBINATORIAL ; INPUT
pin 16 iolé COMBINATORIAL ; INPUT
pin 17 iol7 COMBINATORIAL ; INPUT
pin 18 iolsd COMBINATORIAL ; INPUT
pin 19 iol9 COMBINATORIAL ; OUTPUT
e e it e Boolean Equation Segment ------
EQUATIONS
Ln 4, Col 16 100%  Windows (CRLF) UTF-3

Einige wichtige Informationen:

CHIP PYPAL1 PALCE1l6VS8

PALCE16V8 wird fir den GAL16V8 verwendet (sieche PALASM-Dokumentation). Wenn Sie ein anderes
,Muster verwenden, stellen Sie sicher, dass es gemaR lhrer Gleichung geandert wird. Es ist notwendig,
jeden Pin zu konfigurieren (auf3er GND und Vcc, Pin 10 und Pin 20 fir GAL16V8). Da wir den Namen
der Pins in der Textdatei in ,io<Nummer>“ geandert haben, missen wir denselben Namen verwenden.
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Im Abschnitt EQUATIONS muissen wir unsere minimierten Gleichungen (nur die Gleichungen) kopieren,
die zuvor mit Simple Solver erstellt wurden. Die Datei speichern.

| 47171£36.PDS - Bloc-notes — O x
Fichier Edition Format Affichage Aide

pin 19 icl9 COMBINATORIAL ; OUTPUT "
et atatatats Boolean Equation Segment ------

EQUATIONS

fi0l9 = fipl8& * fio8 * iol
+ [fiol8 = fiol7
+ Jfiold * iolé;

fiold = ipl5 * ipll * 107 * iob;
fiol3 = Jfiol8 = fiol7 * fio7 * fiob * fio5 * fiod ® fio3d * fio2 * fiol
+ 1018 = fiol7 * fio9 ® [fiol
+ Jiol7 * iolé;
Viui? = fipl8 * fipl7 * fiole * fio7 * fiob * fio5 * fiod * fio3 * fio2 ® fiol

+ 1018 * 1017 * fiole * fio7 * dob * fiobh * fiod * fio3 * fio2 * /fiol
+ /fio0l8 * i0l7 * fiole * fic8 * iol
+ 1018 * fiol7 * fiole * fic9 * /iol;

Ln 45, Col1 100%  Windows (CRLF) UTF-8
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Schritt 6: Kompilieren und Erzeugen der JEDEC-Datei

Starten Sie DOSBOX und fihren Sie PALASM aus.

E DO5Box 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX — >
For =zupported shell commands type: HELP

To ad just the emulated CPU speed, use ctrl-Fl11l and ctrl-F12.
To activate the keymapper ctrl-F1.
For more information read the README file in the DOSBox directory.

HAVE FUN?
The DOSBox Team http:/ was.dosbox.com

£ :5>3ET BLASTER=AZZO I? D1 HS Th

Z:nrmount C D:sdosprogs

Drive C is mounted as local directory D:sdosprogss

Z:%>REM C:\DOSBOXSPALASMS PALASME Environment Setup

Z:%>PATH C:\DOSBOXNPALASMMNEXE:C i\ "#PATH: C:»DOSBOXNPALASMINEXE"
Z:5>3ET PALASM=C:“PALASMN

20

C:5\>CD C:N\PALASH

C :\PALASM>

Laden der PDS-Datei.

FILE > Retrieve existing design = Input Format Text / Filename <your
file>.pds

F10 driicken, um die Anderungen zu akzeptieren.

E DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: PALASM — x

PALASMY version Market Release 1.5
EDIT RUN UIEW DOWNLOAD DOCUMENTATION <{F1> for Help

Begin new design

Input format:
File name: 47171f36 . pds=

Go to system
Quit

Design Information
Cur.Directory: C:NPALASH

Input Format :@ Text

De=zign File : 47171f36.pds
Device Mame : PALCE16UB

PFrotected: <tl> move cursor, <FZ> choice, <F10* form ok, <Esc* abort
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Die Datei kann angezeigt werden mit:

EDIT - TEXT file > [Press ESC Key]
Sie konnen durch die Datei navigieren und prufen, ob sie korrekt geladen wurde.
Dricken Sie [F3], um den Editor zu verlassen und die Datei zu kompilieren:

RUN - Compilation = (check the options and press F10)

E DO5Box 0,74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:  PALASM — *

PALASMY version Market Release 1.5
FILE EDIT UTEW  DOWNLOAD DOCUMENTATION {F1> for Help

COMP ILATION OPTIONS

Log file name:
Bun mode: Manual
Procezs from
Format: Text File: 47171f36.pds

Check symtax: Merge mixed mode:
Expand Boolean: Minimize Boolean:
Expand =tate: fizzemble:

De=sign Information
Cur.Directory: C:~\PALASH

Input Format :@ Text

Design File : 47171f36.pds=s
Device Name : PALCE16US

Enter file name, <{tls<> mowve cursor, <F10> form ok, <Esc> abort

E DO5Box 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: PALASM - =
PALASME version Market Release 1.5
| FILE EDIT UTEW DOWNLOAD  DOCUMENTATION {F1> for Help

## BPP xx File Processed Successfully. File: 47171f36.pds.
## BPP ¥ ERROR count: © UWARNING count: @
PALASME PAL ASSEMBLER - MARKET RELEASE 1.5a (8-20-92)

(C) - COPYRIGHT ADUANCED MICROD DEVICES INC., 1992

FILE 47171f36.pds

TITLE MYPAL1

Equation being processed for output ==>> 1012
Equation being processed for output ==>> 1013
Equation being processed for output ==>> 1014
Equation being processed for output ==>> ~I019
The fuse plot is stored in ===>47171f36.XPT
The JEDEC is stored in ===>47171f36.JED

## PAL ASSEMBLER xx Maximum memory allocated was: 17052 bytes.

#» PAL ASSEMBLER ¥ File Processed Successfully. File: 47171736.pd=.

<tl,PgUp,PgDn,Home,End> scroll,<F3> Help-errors,<Esc> exit. File=xood.log

Wenn kein Fehler angezeigt wird, wurde eine JED-Datei erstellt. Beenden Sie PALASM und DOSBOX.
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Schritt 7: Brennen des GALs

Setzen Sie den GAL16V8 in einen DIP-20-Adapter und programmieren Sie ihn z.B. mit dem MiniPro-
Programmierer. Das GAL16V8D auswahlen, JEDEC-Datei laden und programmieren.

MiniPro v6.85 _ %
File(F) Select|C(S) Project(P) Device(D) Tools(¥) Help(H) Language(l)

2 = ] FILL

W% B DPDE LR [P 2

Select IC IC Information(Ho Froject opened)

: 1 ChipType: PLD/CFLD ChkSum: 0x0000 018D
| EIS G |j IC Size: 2194 Bits Lt Information
Product Identification Set Interface Buff select

ChipID: (¥ 40F adapter I Code Mamo
e EEEEEEEEE e EEEEEEEEEEEEEEEEEEE! ASCII =
gegeee: 1111111111111 1111111111111111111

g@E@EB32: 1118181118181 61818180181818181818

f@g@EB64: 1 8 B1B111111111111111111118181818

gegA%6: 1 ¥A10811111111111111111181118181a

LS L5 O O O O O s

L L5 O O O O O A

GOE192: P B OB OOOOOOBADOOOOONADBOOOO0BABA0 A .

GOE224: D B OB OOOOOBAODOOOOOOAODBOOBOOOBOB A8 0.

g@gez2s56: 1111111111111 1111111111111111111

g@gezgg: 1 @8B@1HB8111111111111111111118181818

gee3208: 1811611618101 08108610810810810811818140

g@g@E352: a11 8181118186111 1111111111111111

fEBE384: A1181811181811181818181818181818

fAB416: P OO B OOOOOOBADODOOONODBDO000OABADA

GAB4L4E: PP AP OODOOOPADADOOONADBODOOOBOBABADA

LS T O O <

Ootions IC Confiz Informaton

[ Erase befor: r

v Verify after -

r SetRange: ¢ AIL (7 Sect c r

¥ Encrypt ch VPP Voltage: |l&.00V A
00000000~ | 00002193
[ Flank Check ™
Ready Hardware Interface Ver: TL866CS V03.2.86 000000
Nach einigen Sekunden sollte die GAL programmiert sein.
Chip Program
GAL16V8D Location in Scoleet
v LOCE Bit
Start Adr: COU00000
End Adr O002193
Proprameming ssecessiul !
Erase chip ............ Elapsed time: 707ms

Programing memory
Verify memory ............
Programming Lock bit

Programming Successful!

Elapsed time: 3485ms
Elapsed time: 138ms
Elapsad time: (ms

Program |

Herzlichen Glickwunsch. Das war alles.
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9 Anhang: Ein paar Tipps

Dieses Kapitel enthalt einige Tipps, die nichts mit dem RCT zu tun haben, sondern sich auf
Speicherchips beziehen. Diese kénnen fir den einen oder anderen User niitzlich sein.

9.1 Verwenden eines 4164 oder 41256 als 4116

Mit einem 4164 oder 4156 |asst sich sehr leicht ein 4116 ersetzen. Der Vorteil: Der Ersatz benétigt nur
eine anstelle der drei Versorgungsspannungen und ist immer noch voll Pin-kompatibel.

Umbau eines 4164 zum 4116:

4\1-1; w[]vss o A 161 vy
15 :]m D, []2 4164 15[ ] CAS
wllo  WE[]s 147 Doyr
13[] 4 RAS[]4 13[] A,
12[] A3 L 12[] A,
1 [ A A, []e 1] A,
10:‘\5 A1E7 10DA5
o [ vee Vec []8 9;“\7

¢ Pin 1 entfernen (der Pin ist nicht belegt, am Sockel liegen -5V an)
¢ Pin 8 hochbiegen und mit Pin 9 verbinden (am Sockel liegen 12V an Pin 8 an, das IC erwartet
5V an Pin 8 und A7 an Pin 9, die beide mit 5V verbunden werden, die am Sockel Pin 9 anliegen)

Umbau eines 41256 zum 4116:

e "HY ag1 ~ s
wfdes py ]2 4125 15 [ Cas
wfle We[3 14 O Doyt
1l RAS [4 13 P Ag
2fla  Ag 5 120 Ag
1] A Ap []8 11 P A4
0[] 4 Ay 87 10 [ Ag
QDVCC vee O 8 90 Ay

e Pin 1 hochbiegen und mit Pin 16 verbinden (das IC erwartet A8 an Pin 1, welches mit Vss
verbunden wird, das an Pin 16 am Sockel anliegt)

¢ Pin 8 hochbiegen und mit Pin 9 verbinden (am Sockel liegen 12V an Pin 8 an; das IC erwartet
5V an Pin 8 und A7 an Pin 9, die beide mit 5V verbunden werden, was an Pin 9 am Sockel
anliegt)
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9.2

Verwenden eines 2716 als 2708

Ay 1 [ L9 [] 24 vee INGE W 24]VCC
% 2 L1238 a2 23148
a5 30 28 503 22 [ A9

A 4 O 121 ves  pgql4 21 Vpp
Ay s ( i :]20 CSIWE A3(l5 20]@

"2 oL H o Yoo pols 191 A10
Ay 7 [0 ] 18 PRGM A7 18]EP
RS A\ JBver s 17f1a7
% *[ H e % oo 16[]Q6
o 10 H 50 qq10 151 Q5
o 1 H 4o Q219 14[] Q4
vss 12 [ H 50 yeo 12 13[Q3

2708 2716

Den 2716 wie folgt modifizieren:

Pin 21 (Vpp) hochbiegen und mit Pin 24 (Vcc) verbinden
Pin 19 (A10) hochbiegen und mit Vss oder Vcc verbinden (je nachdem, ob die oberen oder
unteren 1K angesprochen werden sollen)

Hinweise:

Pin 20 wird beim 2708 als /CS (,chip select”) bezeichnet, ist aber funktionell ein /OE bzw. /G
(,output enable®).

Pin 18 wird beim 2708 mit Vss verbunden, beim 2716 ist dieses /CE bzw. /EP (,chip enable”
bzw. ,enable/program®). Dadurch, dass /CE auf Vss gelegt wird, erreicht der 2716 nie seine
minimale Verlustleistung, was aber die Funktion nicht einschrankt.
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